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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EPISSURES POUR CABLES ET FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Spécification générique —
Matériel de montage et accessoires

AVANT-PROPQOS

1) e . echmiate—tnternation isation—mondiale—de—nprmalisation

bour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questjdns\ de-norma

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre a activités pub e des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études, out Comité
national intéressé par le sujet traité peut parficiper. Les organisations\ < émentales et

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent ég AUX. CE| collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisatio :
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui ¢ A S ati r arés par les
comités d'études ol sont représentés tous les Comitég nationa . B, expriment

3) Ces décisions constituent des recommandatigns Iter normes, de

4) Dans le but d'encourager ['unificativq internati i i s’engagent
s de la CEl

t la norme
nationale ou régionale correspondante doi

- s v b .dl o . . i
5) ‘a fixé sdure_ concefnant le marquage comme indication d'approbption et sa

urmatériel st déclaré conforme a l'une de ses normeg.

La été établie par le sous-comité 86B, Dispositifs

d'i a fibres optiques, du comité d'études 86 de
laC
Ce ‘ iti qule et remplace la premiére édition parue en 1991 e{ constitue
un i U
Le
DIS Rapport de vote
86B(BC)114 86B(BC)152

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le systéeme CEl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

Les annexes A et B sont données uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPLICES FOR OPTICAL FIBRES AND CABLES -

Part 1: Generic specification —
Hardware and accessories

FOREWORD

1) The |

non-g
collab)

condiions determined by agreement between the two organization
2) The fg i jes on
which|all the National Committees having a special interest rly as

possi
3) They hnical
reports
4) In order to promote international unification, tional
Standhrds transparently to the maximum e . Any
diverf learly
indicajed in the latter.
5) The IHC provides no marking indi : br any
equipment declared to be in i
Internatjonal St optic
interconnecting devig Fibre
optics.
This se nsti-
tutes a
The tex based on the following documents:
DisS Report on voting
86B(CO)114 86B(CO)152

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annexes A and B are for information only.


https://iecnorm.com/api/?name=2b40c98544c51e5e827268275dfc128a

- 10 - 1073-1 © CEI:1994

INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 1073, qui est une spécification genérique, est divisée en
quatre articles. L'article 1 est intitulé «Généralités» et contient des informations générales

qui concernent la présente spécification.

L'article 2 intitulé «Exigences», contient toutes les prescriptions auxquelles doivent
satisfaire le matériel de montage et accessoires pour épissures pour fibres optiques
étudiés dans la présente norme. Il concerne la classification, les spécifications, la
documentation, fes matériaux, I’exécution, la qualité, les performances, l'identification et

’emballage.

L'article 3, intitulé «Procédures d’assurance de la qualité», contienf toute
qui doivent étre respectées pour que les produits traités dans

nent 'assurance de la qualité.

- L’article 4, intitulé «Procédures de mesure et d'essai
méthodes de mesure et les procédures d’essai d’envifon
de la qualité.

&

les grocédures

e obtien-

ntient les
assurance



https://iecnorm.com/api/?name=2b40c98544c51e5e827268275dfc128a

1073-1 © IEC:1994 11 -

INTRODUCTION

This part of IEC 1073, which is a generic specification, is divided into four clauses.
Clause 1 is titled "General" and contains general information which pertains to this
specification.

Clause 2 is titled "Requirements” and contains all of the requirements which are to be met
by fibre optic splice hardware and accessories covered by this specification. The require-
ments for classification, documentation, design and construction, quality, performance,
identification and marking and packaging are covered in this clause.

Clause ures
which 4§ this
specific

Clause the

&
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EPISSURES POUR CABLES ET FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Spécification générique —
Matériel de montage et accessoires

1 Genéralités

1.1 Domaine d’application
La présente partie de la CEl 1073 s’applique au matériel de montage pour épissures de
fibres optiques (parties d’alignement, parties de protection, etc.) et aux accessoires pour

ep e acrerT —0 . P &b b opHey EHe—comprend:

— les prescriptions relatives au matériel de montage de fibres
optiques;

— les prescriptions relatives aux accessoires pour €pis gdes;

~ les procédures de mesure et d’essais pour
qualité.

1.2 Références normatives

lite de la
artie de la

Lgs documents normatifs suivé
référence qui y est faite, constitue

CE! 1073. Au moment de la publi peur. Tout
dd : dés sur la
pr échercher la possibilité d’appliquer les

éq atifs indiqués ci-aprés. Les menjbres de la
Cl i des Normes internationales en vigueur.

Q

jualité des

pitre 731:

Tg§lécommunications par fibres optiques

CEI 68-1: 1988, Essais d’environnement — Premiére partie: Généralités et guide
CEl 68-2-1: 1990, Essais d’environnement — Deuxieme partie: Essais — Essais A: Froid

CE! 68-2-2: 1974, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essais B: Chaleur
séche

CEl 68-2-3: 1969, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ca: Essaf
continu de chaleur humide
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SPLICES FOR OPTICAL FIBRES AND CABLES -

Part 1: Generic specification —
Hardware and accessories

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 1073 applies to fibre optic splice hardware (alignment parts, protection
parts, etc.) and splice accessories (organizers, closures, etc.) for optical fibres and cables.
It includes:

— fibre optic splice hardware requirements;

— fibre optic splice accessory requirements;

— measurement and test procedures for
asses$sment.

ality

1.2 Narmative references

The follpwing normative documents gontai ] y this
text, constitute provisions of this part ¢ ions
indicate . s to
agreemgnts based on this part of IEC 1073 ed to investigate the possibility of

applying bers

of IEC and ISO maintain

QC 001[001: 19®a
Compornents (IE

ronic

QC 001 for
Electroni
IEC 27:}
1IEC 50( tical

fibre co

IEC 68-1: 1988, Environmental testing — Part 1: General and guidance
IEC 68-2-1: 1990, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests A: Cold

IEC 68-2-2: 1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat

IEC 68-2-3: 1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ca: Damp heat, steady
state
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CEl 68-2-5: 1975, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Sa:
Rayonnement solaire artificiel au niveau du sol

CEl 68-2-6: 1982, Essais d’environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Fc et guide:
Vibrations (sinusoidales) '

CEl 68-2-7, 1983, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ga et guide:
Accélération constante

CEl 68-2-9: 1875, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essais — Guide pour I'essai
de rayonnement solaire

CEI 68-2-10: 1988, Essais d’environnement — Deuxiéme partie: Essfis — Essai.J et guide :
Moisissures

CH! 68-2-11: 1981, Essais d’environnement — Deuxié s5ais '\Essai Ka:

Brpuillard salin

CHI 68-2-13: 1983, Essais d'environnement — Deuxienq a X ‘ M: Basse
pression atmosphérique

CH!| 68-2-14: 1984, Essais d’environne Essai N:
Variations de température
CHI 68-2-17: 1978, Essais d’epvirorine(s Deuxieme partie: Essais —|Essai Q:

Etanchéité

CH! 68-2-27: 1987, sai Ea et

guide: Chocs
| 68—2-@
cousses

CH

CH et guide:

54

gnvironnement — Deuxiéme partie: Essais — Egsai Db et

agui Raleur humide (cycle de 12 + 12 heures)

Ck > 8 ~Plans\et régles d’échantilionnage pour les contréles par attributs

CH uide pour l'inclusion des procédures de contrdle lot par lot et périodique
dansdes spécifications de composants électroniques (ou piéces détachées)

CEIl 617: Symboles graphiques pour schémas

CEl 695-2-2: 1991, Essais relatifs aux risques du feu — Deuxiéme partie: Méthodes
d’essai — Section 2: Essai au brileur-aiguille

CEI 793-1: 1992, Fibres optiques — Partie 1: Spécification générique
CEl 794-1: 1987, Cébles a fibres optiques — Premiére partie: Spécification générique

CEl 874-1: 1987, Connecteurs pour fibres et cdbles optiques — Premiére partie: Spécifi-
cation générique
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IEC 68-2-5: 1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Sa: Simulated solar radi-
ation at ground level

IEC 68-2-6: 1982, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc and guidance: Vibration
(sinusoidal)

IEC 68-2-7: 1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ga and guidance: Acceler-
ation, steady state

IEC 68-2-9: 1975, Environmental testing — Part 2: Tests — Guidance for solar radiation
testing

IEC 68-R-10: 1988, Environmental testing — Part 2: Tests — Test J and guidai:hrould
growth

IEC 68-1
IEC 68-1
IEC 68- rture
IEC 68-
IEC 68- DCK

IEC 68-

{EC 68-
heat, cy

Damp

IEC 4108

IEC 419: 1973, Guide’for the inclusion of lot-by-lot and periodic inspection procedunes in
specifications for electronic components (or parts)

IEC 617: Graphical symbols for diagrams

IEC 695-2-2: 1991, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needie-flame
test

|EC 793-1: 1992, Optical fibres — Part 1: Generic specification
IEC 794-1: 1987, Optical fibre cables — Part 1: Generic specification

IEC 874-1: 1987, Connectors for optical fibres and cables — Part 1: Generic specification
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CEl 875-1: 1992, Dispositifs de couplage pour fibres optiques — Partie 1: Spécification
générique

ISO 129: 1985, Dessins techniques — Cotation — Principes généraux, définitions,
méthodes d’exécution et indications spéciales

ISO 286-1: 1988, Systéme /SO de tolérances et d’ajustements — Partie 1: Base des
tolérances, écarts et ajustements

ISO 370: 1975, Dimensions tolérancées — Conversion d’inches en millimétres et
réciproquement

léran¢tement de

lSj) 1101; 1983, Dessins techniques — Tolérancement géométriqu,
form boles, Indications

e, orientation, position et battement — Généralités, deéfinitig

sur les dessins

ISP 8601: 1988, Eléments de données et formats d’éch b rmation —

Rgprésentation de la date et de I'heure

1.3 Définitions

Paur les besoins de la présente partie suivantes
séparable)
ommages
s a fibres

iétruire la

pissure qui peut étre séparée bien qu'étant desfinée a un
ontraire & un connecteur qui est destiné a des accopplements

issure\hybride: Jonction de cable avec épissure(s) de fibre et épispure(s) de

1.3.6 épissure par fusion: Epissure ou les extrémités des fibres sont raccordees de
fagon permanente par fusion.

1.3.7 épissure mécanique: Epissure ol les extrémités des fibres sont raccordées de
facon soit permanente soit semi-permanente par un dispositif mécanique tant que les ex-
trémités des fibres ne sont pas fondues ensemble.

1.3.8 épissure pour environnement controlé: Epissure destinée & étre utilisée dans un
environnement contrélé tel que batiments, maisons, etc.
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IEC 875-1: 1992, Fibre optic branching devices — Part 1: Generic specification

ISO 129: 1985, Technical drawings — Dimensioning — General principles, definitions,

methods of execution and special indications

ISO 286-1: 1988, ISO system of limits and fits — Part 1: Bases of tolerances, deviations

and fits

ISO 370: 1975, Toleranced dimensions — Conversion from inches into millimetres and vice

versa
ISO 1101: 1983, Technical drawings — Geometrical tolerancing — Tolerances of form,
orientatfon, location and run-out — Generalities, definitions, sym indications on
drawin

ISO 8601: 1988, Data elements and interchange formats
Represeéntation of dates and times

1.3 Definitions

For the|purposes of this part of IEC 1073, the
those of IEC 50(731).

13.1 f
optical
normal handling.

1.3.2 gable splice: Prote
fibre splices, organize

1.3.3 permane@ ice

1.3.4 4
engage
separat

1.3.5 hybrid-splice\Cable splice with fibre splice(s) and electrical conductor splice(

ge —

with

two
from

st of

nt.

nent
and

\d
Eees

1.3.6 fusion splice: Splice in which fibre ends are joined in a permanent manner by

means of fusion.

1.3.7 mechanical splice: Splice in which the fibre ends are joined either permanently or
semi-permanently by any mechanical means as long as the fibre ends are not fused

together.

1.3.8 controlled environment splice: Splice designed to be used in a controlled environ-

ment such as buildings, homes, etc.
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1.3.9 épissure pour environnement non contrdlé: Epissure destinée a étre employée
en dehors d’'un environnement controlé. Températures extrémes, immersion dans l'eau et
basse pression atmosphérique sont des exemples d’environnement non controlé.

1.3.10 matériel d’épissure: Chaque élément d’'une épissure de fibre.

1.3.11 jeu d’épissures interchangeables: Les jeux d’épissures sont considérés comme
interchangeables lorsqu’ils ont des moyens de fixation et un encombrement communs, et
les mémes performances.

1.3.12 sous-famille: Gamme de technologies ou d’accessoires pour épissures pour
fibres optiques définie dans une spécification intermédiaire.

dité ou de

5 et/ou les
gaires pour
jes méca-
fibre sans

atériel de montage et aux accessoires pour ép|ssures de
dans cette spécification sont exposées dans le prégent article

Lg
fig
et

2.

L4 matenel de montage et Ies accessowes pour eplssures de fibres opthues dpivent étre
a—dsg ction peut

modifier ou ajouter des termes:

- types;

- modéles;

— variante;

- montage;

— catégorie climatique;

— niveau d’assurance de la qualité.
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1.3.9 non-controlled environment splice: Splice designed to be used outside of a
controlled environment. Extreme temperature, water immersion and low air pressure are
examples of a non-controlled environment.

1.3.10

1.3.11
when th

splice hardware: Any of the individual elements of a fibre splice.

interchangeable splice sets: Splice sets are considered to be interchangeable

ey have both the same installation geometry and functional performance.

1.3.12 sub-family: Range of fibre optic splice technologies or accessories as defined in

a sectio

nal specification.

1.3.13

gases into the fibre splice or cable splice.

1.3.14

may or may not be a part of a splice organizer.

1.3.15
protect
protect

permisdible radius and permits a stre
splice ofrganizers are intended for useNp a's

1.3.16
externa

1.3.17

temperature, humidity

2 Reg

The requi

cation 4

21 C

Fibre ogrtic splice h

The ev

barrier seal: Method or apparatus for preventing the pas moistufe or

splice organizer: Device which contains and o i \ nd/or
d fibre splices and excess fibre length rqu' ed fox th i re. It
the fibre and fibre splice against me , controls the minjmum

splice closure: Device which( protects fi
mechanical and environmental eff

primary test

uirement;

dware and accessories shall be classified by the following categc

lution of cplim:\ fnnhnnlngy may alter or add terms:

- type;
- style;

— variant;

- 4
- C

- 4a

rrangement;
limatic category;

ssessment level.

The

ices and splice organizers against

e.g.

e hardware and accessories covered by this splecifi-

ries.
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Le matériel de montage et les accessoires pour fibres optiques seront définis comme suit:

type
exemples:

épissure tournante
boitier TK
boitier UC

genre d’accessoire pour épissure

exemples:

épissure mécanique
matériel de montage pour épissure par fusion
agencement

configuration

exemples:
2/1.2 Modéle
o]
de¢ I'épissure.

2{1.2.1

Epissure mécanique

bottier

épissure permanente
épissure séparable

agencement avec support d’épisgur
agencement sans support d'épj

L} modéle du matériel de montage et des

vétement (surface externe, axe)

coeur (puissance transmise, alignement visuel)
alignement automatique

surface de référence secondaire (exemple: embout)

nombre de fibres épissées simultanément

sera défini
accessoire

exemples:

individuelle
multiple (indiquer le nombre maximum)

adaptation d’indice

exemples:

gel

fluide

résine polymérisée
aucune

enlévement du revétement de la fibre

exemples:

demandé
non demandé
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21.1 Type

Fibre optic splice hardware and accessories shall be defined by the following items:

— type name
examples: rotary splice
TK closure
UC closure

— kind of splice accessory

examples: mechanical splice
fusion splice hardware
organizer

closure

— configuration

ekamples: permanent splice

separable splice

organizer with spliceholder
organizer without spliceholder

212 Btyle

Fibre optic splice hardware and accessory style
which may differ depending on the kind'of splicé

2.1.2.1 | Mechanical spiice

|
=
4
=
@
O
o]
—
[
©Q
(o]
=
<
—~~
8}
(e}
(2]
(o}

blice method

|
[1+ w

kamples:

alignment
econdary reference surface (for example, termini)

— npmber of simuitaneously spliced fibres

examples: single
multiple (state the maximum number)

- index matching

examples: gel
fluid
cured resin
none

— fibre coating removal

examples: required
not required
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2.1.2.2  Matériel pour épissure par fusion
— catégorie des fibres (selon la CEl 793-1)
— nombre de fibres épissées simultanément

exemples: individuelle
multiple (indiquer le nombre maximal)

— protection de I'épissure

exemples: gel
fluide
résine polymérisée
moulage par injection
tubes rétractables
sandwich

2.1.2.83 Agencement
— type de fibre ou de céble

exemples: monofibre libre
multifibre libre
fibre en ruban
fibre avec revétement spe

2.1.2.4 Boftier

— type de scellement
exemples: mécanique
rétrécissabl
€6

quantité de fibres supplémentaires logées

points de fixation ou de montage alternatifs

nombre de cables, fibres ou agencements dans un boitier
nombre d’épissures ou de supports d’épissures dans un agencement

2.1.4 Montage

Le montage du matériel et des accessoires pour épissures optiques doit définir I'état des
éléments livrés.

Exemples: en lot
matériel de montage de I'épissure
agencement et support d'épissures
boitier et agencement
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2.1.2.2  Fusion splice hardware
— fibre category (according to IEC 793-1)
— number of simultaneously spliced fibres

examples: single
multiple (state the maximum number)

— splice protection

examples: gel

fluid

cured resin
injection moulding
shrinkable tubing
sandwich

2.1.2.3 | Organizer
— fibre or cable type

examples: loose tube single fibre
loose tube multifibre
fibre ribbon
fibre with special coating
2.1.2.4 | Closure
— kind of sealing
examples: mechanical
shrinkable
— kind of protection
examples: filled
pressur

- kind of ma{'ﬁl
ekamples: 7

2.1.3
The sp essory variants shall define additional features of| the
apparaty

Examples: additional fibre sizes accommodated

alternative mounting or fixing points
number of cables, fibres or organizers in a closure
number of splices or splice holders in an organizer

2.1.4 Arrangement

The fibre optic splice hardware and accessory arrangement shall define the delivered form
of the item.

Examples: kit arrangement
splice hardware arrangement
organizer plus splice holder arrangement
closure plus organizer arrangement
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2.1.5 Catégorie climatique

Les épissures et les accessoires pour fibres optiques doivent étre classés par catégorie
climatique. Celle-ci définit les conditions climatiques d’essai — basse et haute tempéra-
ture, chaleur humide appropriées pour un composant. Les composants doivent étre
soumis au moins a P'essai de froid (voir 4.5.11), & I'essai de chaleur séche (voir 4.5.12) et
a I'essai continu de chaleur humide (voir 4.5.13).

Les catégorie climatiques sont indiquées par un groupe de trois séries de chiffres,
séparés par des barres obliques, correspondant respectivement aux températures, froides
et chaudes, et au nombre de jours d’exposition a Ia chaleur humide (essai continu) que les
composants supporteront, comme suit:

— premiére série: deux chiffres indiquant la température inimale de

fonctionnement (essai de froid);
— deuxiéme série: trois chiffres indiquant la températgre §ima|e de

Quand la température nécessite { chiffres,
seulement ceux-ci doivent «0» pour
former le groupe de trois chi

— troisiéme série: deux chiffres indiqua ir humide

(essai continu) (Ca

"t, celui-ci
doit étre b de deux
chiffres.

EXEMPLE:
§5/125/ 21

|

Basse températuge

On trouverd ci drs préférentielles pouvant étre spécifiées:

<\B®g téxpéé{wé Haute température Durée de chaleur humide
°C

\ °C jours
\ \5/ +30 +125 4

-10 +40 +155 10
-25 +55 +175 21
-40 +70 +200 56
=55 +85

-65 +100

2.1.6 Niveau d’assurance de la qualité

Le niveau d'assurance de la qualité définit les niveaux de contréle et le niveau de qualité
acceptable (NQA) des groupes A et B, et la périodicité d'inspection des groupes C et D.
Les spécifications intermédiaires doivent préciser un ou plusieurs niveaux d’assurance de
la qualité, chacun d’entre eux étant désigné par une lettre majuscule.
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2.1.5 Climatic category

Fibre optic splices and accessories shall be classified by climatic category. This category
defines the climatic test conditions of cold temperatures, hot temperatures and damp heat
for which a component is suited. The components shall be subjected, as a minimum, to the
environmental tests of cold (see 4.5.11), dry heat (see 4.5.12) and damp heat (steady
state) (see 4.5.13).

The climatic category is indicated by a series of three sets of digits separated by oblique
strokes corresponding respectively to the temperatures, both cold and hot, and the
number of days, exposure to damp heat (steady state) they will withstand, as follows:

— fifst set: two digits denoting the minimum ambient temperature of operation
(cold test);

— second set: three digits denoting the maximum ambie er-
ation (dry heat test);
Where the temperature requires the use of of i they
shall be prefixed by the figure "0" t@ s bup.
- third set: two digits denoting the numb tate)
test (Ca).

Example:

Low temperature

High temperature

21 days of damp@(st

The follpwing arepr red\al

h may be specified:

Low ter%«katu e High temperature Damp heat duration
\S\ °C days
\—5 \/ +30 - +125 4

-10 +40 +155 10

- +55 +175 21

-40 +70 +200 56

=55 +85

-85 +100

2.1.6 Assessment level

Assessment level defines the inspection levels and the acceptable quality level (AQL), of
groups A and B and the periodicity of inspection of groups C and D. Sectional specifi-
cations shall specify one or more assessment levels, each of which shall be designated by
a capital letter.
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Les niveaux préférentiels sont les suivants:

Niveau A d’assurance de la qualité

— contréle du groupe A:  niveau de contréle I, NQA =4 %
— contréle du groupe B:  niveau de contréle I, NQA = 4 %
— contréle du groupe C:  périodicité de 24 mois
— contréle du groupe D:  périodicité de 48 mois

Niveau B d’assurance de la qualité

— contréle du groupe A: niveau de contrble II, NQA =1 %
1%

— contréle du groupe B:  niveau de contréle i, NQA
— contréle du groupe C:  périodicité de 18 mois

— contréle du groupe D:  périodicité de 36 mois
Niveau C d’assurance de la qualité

— contréle du groupe A:  niveau de contrble
— contréle du groupe B:
-~ contréle du groupe C:
— contrdle du groupe D:

Un niveau d’assurance de la q s dans la
sgécification intermédiaire) peut étre~ajouté dans\la spécification particuliére| Dans ce
cas, la lettre majuscyfe X sera uti 'sé%

cla est possible, les symboles graphiques et les symboles

pégification fait partie d’'un systéme de spécifications CEl comporfant quatre
i eaux Les spécifications auxiliaires comprennent les spécifications intermeédiaires, les

s cifinati oarticuhdres-cadre—incluses—etles enar--ﬁnohnne narticulidarac {" s stéme
\J\J'llvu"ul'a Pulllvul'\l'\/o W LANAT LLEAAL" ™) ,J llllllllll rf vvvvvvvvvvvv y

est présenté au tableau 1.
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27—

The following are preferred levels:

Assessment level A

group A inspection:
group B inspection:
group C inspection:
group D inspection:

Assessment level B

roup A inspection:

inspection level il, AQL = 4 %
inspection level Il, AQL = 4 %
24-month periods
48-month periods

inspection level I, AQL = 1 %

Assessment level C

Graphic

222

This spdcification~s part of a four-level IEC specification system. Subsidiary specifica
shall co

Esist of sectional specifications, including blank detail specifications, and ¢

Bl and let

specificati

)

group B inspection:
gioup C inspection:
gfoup D inspection:

oup A inspection:

g

gfoup B inspection:
gtoup C inspection:
g

oup D inspection:

native assessment level (othér
added in the detail specification.

2.2 Dqcumentation
Bymbols f:

2.21

inspection level i, AQL =1 %
18-month periods
36-month periods

gnever possible, be taken from IEC 27 and IEC

ions
etail
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Tableau 1 - Structure des spécifications CEl a quatre niveaux

Niveau de
spécifications

Exemples d’'informations a préciser

Applicable a

Spécification
de base

Régles du systéme d’'assurance de la qualité
Reégles de contréle

Méthodes d'essais d’environnement

Plans d'échantillonnage

Régles d'identification

Normes de marquage

Normes dimensionnelles

Normes terminologiques

Symboles normalisés

Deux ou plusieurs familles
ou sous-familles de composants

Oz Py 2z N
werresTumeruesprererenicnes

Unités SI

1N

(7]

pécification
Enérique

©Q

Terminologie spécifique
Symboles spécifiques
Unités spécifiques
Valeurs préférentielles

Marquage
Procédures d'assurance de qualité
Méthodes de mesure et d'essai

mille composants

(/2]

pécification
ritermédiaire

Termes supplémentaires
Méthodes d’essai supplémentaires

Choix des essais
Valeur préférentielle :

— les dimensions

Procédures d’homologation et/alragrém
de savoi air?/-\

Sous-famille de composants

Spécification
pFrticuIiére

nes a uncertain nombre de types

quence d&sa' de ¢ Wa qualité
igen e coﬁoze\\

Groupe de types ayTt une
séquence d'essais eh commun

cadre
écification
p

rticuliére <\

Type individuel

2.

Lg seifications intermédiaires doivent définir les sous-familles du matériel de montage

et

ifes pour épisssures (voir 1.3.12). Des exemples de sous-famillgs sont les
égissures mécaniques, le matériel de montage pour épissures par fusion, les |boitiers et

les agencements. Les spécifications intermédiaires doivent contenir au moins les informa-
tions suivantes:

- type (vo
— procédu

ir2.1.1);
re d’assurance de la qualité (voir article 3);

— une ou plusieurs spécifications particuliéres-cadre.

Chaque spécification particuliére-cadre doit contenir:

— les programmes d'essais obligatoires minimaux et les exigences fonctionnelles

minimales;
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Table 1 — Four-level IEC specification structure

Specification
level

Examples of information to be included

Applicable to

Assessment system rules
Inspection rules
Environmental test methods
Sampling plans
Identification rules

Marking standards
Dimensional standards
Terminology standards
Symbol standards

Basic

Two or more component
families

Preferred umber Series
Si units

Specific terminology

Specific symbols

Specific units

Preferred values

Marking

Quality assessment procedures
Test and measurement methods

Generic

om ntfami

Additional terms
Additional test methods
Selection of tests
Preferred values for:

— characteristics

— ratings

— test severities

— dimensions
Qualification
procedures

_ Sectiona)

roval/a_nd{ capapp \Z

D

R
2

omponent sub-family

Quality
Inspectl n
at n com

Blank
detail

mber of

e'te che \)

pes

Groups of types having a
common test schedule

Detail

Individual type

2.2.2.1 fcations

Section s shall

(see 1.3.12).

define splice hardware and accessory sub-fa
eés of sub-families are mechanical splices, fusion splice hardware,
, the

closureq and splice organizers. Sectional specifications shall contain, as a minimu

following information:

- type (see 2.1.1);

— quality assessment procedures (see clause 3);

— or more blank detail specifications.

Each blank detail specification shall contain:

~ the minimum mandatory test schedules and performance requirements;

ilies
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— un ou piusieurs niveaux assurance de la qualité;

— le format préférentiel et les instructions pour insérer les informations nécessaires
dans la spécification particuliére.

Chaque spécification particuliére cadre devra étre limitée a:

— un type (voir 2.1.2);
— les variantes a des modeles associables (voir 2.1.3 et 3.2).

2.2.2.2 Spécifications particuliéres-cadre

Les spécifications particuliéres-cadre ne correspondent pas a un niveau de spécification.
Elles font partie des spécifications intermédiaires. Ces derniéres peuvent contenir
plysieurs spécifications particuliéres-cadre.

2.2.2.3 Spécifications particuliéres
Les spécifications particuliéres doivent donner au moins Q ions suivantes:

- le type (voir 2.1.1);
— le modéle (voir 2.1.2);
— la variante (voir 2.1.3);

le montage (voir 2.1.4);

uliéres ne
brication.

edre pour
les plans des documents couverts par la présente spécification. Tous les plans contenus
dans un document devront utiliser le méme systéme de projection et mentionner le
systéme employé.

2.2.3.2 Systéme dimensionnel

Toutes les dimensions seront indiquées conformément a I''SO 129, iSO 286-1 et
I''SO 1101.

Le systéme métrique doit étre utilisé dans les spécifications intermédiaires et dans les
spécifications particuliéres. Les dimensions en pouces pourront étre ajoutées dans les
spécifications particulieres mais pas dans les spécifications intermédiaires.
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— one or more assessment levels;

— the preferred format and the instructions for filling in the required information in the
detail specification.

Each blank detail specification shall be limited to:

— one type (see 2.1.2); .
— structurally similar variants (see 2.1.3 and 3.2).

2.2.2.2 Blank detail specifications

Blank detail specmcatlons are not, by themselves a specmcatton level. They are part of a
sectiona Jetail
specificati

2.2.2.3 | Detail specifications
Detail specifications shall specify, as a minimum, the foliowing t

— type (see 2.1.1.);

— style (see 2.1.2);

— vgriant (see 2.1.3);

— afrangement (see 2.1.4);

— cljmatic category (see 2.1.5);
— agsessment level (see 2.1.6);

_ ired
refergnce co

2.2.3

The dra strict

details o

2.2.3.1

Either fi j gle—projection-shall be usec i indo ents

covered by this specmcat:on All drawmgs thhm a document shall use the same pro;ec-
tion system and the drawings shall state which system is used.

2.2.3.2 Dimensional system

All dimensions shall be given in accordance with ISO 129, ISO 286-1 and 1SO 1101,

The metric system shall be used in sectional specifications and detail specifications. inch
dimensions may be added in detail specifications but not in sectional specifications.
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La conversion entre les systemes d’unités doit étre effectuée conformément a I''SO 370.
Lorsque des unités sont converties, une note sera ajoutée dans chaque spécification,
particuliére, comme suit: «Les valeurs pour les dimensions en ()" sont dérivées de celles
en 'Y mais ne sont pas nécessairement exactes selon la norme ISO 370. Cependant,
elles doivent étre considérées comme étant des alternatives acceptables aux valeurs
originales quant a la précision.»

Les dimensions comprendront au maximum cing décimales significatives.

2.2.4 Mesures

2.2.4.1 Méthode de mesure

ion concefnée pour les
0,0804| pouce) ou

La méthode de mesure utilisée doit étre indiquée dans la spécific
dimensions spécifiées, avec une zone de tolérance totale de 001
ins (voir annexe A).

242 Composants de référence

Les composants de référence seront spécifiés, ans la spécification

appropriée.
2243 Calibres

Les calibres seront spécifiés, si

212.5 Fiches techniques d’essdi

D i~doi e Sparées pour chaque essai effecfué dans le
cadre d'une spécifica iculieres-Les fibhés techniques d’essai seront incluses dans
le i et dans le rapport d’inspection [périodique

M

L¢s fiches tech i\deivent donner au moins les informations suivantgs:

spécimen. La description comprendra également fe numéro

des documents suffisamment détaillés pour constituer des informatio

2.2.6 Instructions d’emploi
Les instructions d’emploi doivent étre fournies par le fabricant et comprendre:

— les instructions de montage;

- toute autre information nécessaire.

1 * . s .
) ) Indique, selon le cas, des millimétres ou des inches.
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Conversion between systems of units shall be according to 1SO 370. When units are
converted, a note shall be added in each detail specification to read: "The values for

dimensions in ©) " are derived from those in ) 1)

but are not necessarily exact according

to ISO 370. They are, however, to be considered as acceptable alternatives to the original
values with regard to accuracy.” )

Dimensi

ons shall not contain more than five significant digits.

2.2.4 Measurements

2.2.4A1

Measurement method

The sizt measurement method to be used shall be specified in th
cation for dimensions which are specified within a total toleranc

(0,0004

2242

Referen

2243

Gauges

2.2.5

Test da
data sh
inspecti

Data sh

relev

f 001

inch) or less (see annex A).

Reference components

ce components, if required, shall be specified in the

Gauges

t specifi-

mm

The

ation

ilure

Lfficiently detailed documentation to provide traceable information for f:

analy
2.2.6
Instructi

- a
- a

sis(see 33 6and3=424T):
Instructions for use
ons for use shall be given by the manufacturer and shall consist of:

ssembly instructions;
dditional information, as necessary.

DAY Indicates millimetres or inches to be entered as applicable.
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2.2.7 Sécurité

Les fibres optiques dont I'extrémité n'est pas protégée par un bouchon ou n’est pas termi-
née peuvent émettre des radiations potentiellement dangereuses. Les fabricants
d’épissures ne sont pas obligés de les marquer comme potentiellement dangereuses,
mais la documentation des fabricants doit contenir des informations suffisantes pour pré-
venir les concepteurs de systémes ou le personnel concerné du danger potentiel et indi-
quer les méthodes d’assemblage sans danger.

L'information suivante doit étre incluse dans la spécification appropriée:

«Avertissement

Quand-en-manie-des—fibres—optigu potit-di aution i . i pQUr ne pas se
piquer, en particulier prés des yeux. Il est forte i ant l'extrémité d'une
fibre optique ou d’'un composant pour fibres optiques non terminé quand i N rgie & moins
de s'étre assuré que le niveau de sortie de I'énergie rentre dans les limite®

N

B Conception et fabrication

o
a0

rticuliéres.

2.B.1 Matériaux métalliques

hontage et
d’ traitement
de

la spécifi-

pivent étre
thodes de
tréle de la

2B Performances

Le matériel de montage des épisssures et les accessoires doivent satisfaire aux
exigences fonctionnelles indiquées dans la spécification particuliere.

2.6 Identification et marquage

Les composants ainsi que les matériels et emballage associés doivent étre lisiblement et
durablement identifiés; ils doivent étre marqués selon les prescriptions de la spécification
particuliére.
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2.2.7 Safety aspects

Optical fibres may emit potentially hazardous radiation from an uncapped or unterminated
output port or fibre end. The manufacturers of splices are not required to mark them as
such, but sufficient information should be made available in the manufacturers’ literature
to alert a system designer or other personnel concerned to the potential hazard, and to
indicate the necessary safe working practices.

The following shall be included in the relevant specification:

"Warning

ndlina _small diameter fibre to _see that it does not puncture the skin,
especiglly the eye area. Direct viewing of the end of an optical fibre or an unternfinate optical [fibre
been

obtaindd as to the safety energy output level.”

2.3 Depign and construction

The design and construction shall be such that the require icgtion

are met.

2.3.1 l\[etals
All metalls used in the construction of § hall

be corrogion-resistant types or shall be s

2.3.2 Non-metals

When non-flammable the

relevant specificatifn a

2.4 QU

be referenced.

hent
sed,

Splice h
procedut
as appli

2.5 Performance

Splice hardware and accessories shall meet the performance requirements specified in the
detail specification.

2.6 Identification and marking

Components, associated hardware and packages shall be permanently and legibly
identified and marked when required by the detail specification.
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2.6.1 Numéro d’identification de la variante

Un numéro d’identification doit étre attribué a chaque variante d'une spécification
particuliére. Ce numéro comprendra le numéro affecté a la spécification particuiiere, suivi
d'un numéro de quatre chiffres précédé d'un tiret et la lettre désignant le niveau
d'assurance de la qualité. Le premier chiffre du numéro précédé d’un tiret sera attribué de
maniére séquentielle & chaque type de composant couvert par la spécification particuliére.
Les trois derniers chiffres seront affectés de maniére séquentielle & chaque variante du
composant.

EXEMPLE: QC210101/US001-1 001 A

Numéro de la spécification particuliére I

Type du composant

Variante

Niveau d’assurance de la qualité

2p.2 Marquage des composants

L4 marquage des composants doit, si nécessai écification

pdrticuliére. L’ordre préférentiel de marquage

1) la marque d'identification du fabrica

3) la référence du fabricant;
4) le numéro d’identification

S nécessaire, les emballages unitaires individuels (a l'intérieur de I'emballgge scellé)
doivent porter le numéro de référence du rapport certifié des lots acceptés, le code
d’identification de 'unité de fabrication et I'identification du composant.

2.7 Emballage

Les emballages doivent comporter des instructions d’emploi si cela est requis par la
spécification appropriée (voir 2.2.6).
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2.6.1 Variant identification number

Each variant in a detail specification shall be assigned a variant identification number. The
number shall consist of the number assigned to the detail specification followed by -a dash
and a four-digit number and a letter designating the assessment level. The first digit of the
four-digit number shall be sequentially assigned to each component type covered by the
detail specification. The other three digits shall be sequentially assigned to each variant of
the component.

EXAMPLE: QC210101/US001-1 001 A

Detail specification number

Compgnent type

Variant

Asses$ment level AN

2.6.2 (Qomponent marking

Component marking, if required, shall be specified—i ai gcitication. |The
preferred order of marking is:

1) minufacturer's identification mark;
2) m

3) m

nufacturing date code;
nufacturer’s part number;

263

Packag

1)
2)
3)
4)

When appli indivi i ithi ked
with the reference number of the Certmed record of released lots, the manufacturer's
factory identity code and the component identification.

2.7 Packaging

Packages shall include instructions for use when required by the relevant specification
(see 2.2.6).
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3 Procédures d’assurance de la qualité

Les procédures d’'assurance de la qualité et d’acceptation des composants comprennent:

— les procédures d’homologation (voir 3.3);
— le contrdle de conformité de la qualité (voir 3.4).

3.1 Etape initiale de fabrication

L’étape initiale de fabrication du matériel et des accessoires pour épissures traités dans la
présente spécification est définie comme suit:

Sfade de fabrication ol les piéces essentielles pour la qualité d
oy rassemblées pour former le produit défini dans la spécificatios

fabriquées

Il lest possible de sous-traiter I'étape initiale et les étape fication, en
agcord avec 11.2.1¢) de la CEl QC 001002.

3R Modéles associables

L¢ groupement de composants de modé tion et de

cqntréle de conformité de la qu

- utili@
— utiliseY'la’'mé

II$ ne peuventpas:

— étre destinés a des technologies ou structures de fibres différentes.

Le groupement spécifique de composants de modéles associables aux fins
d’homologation et du controle de conformité de la qualité doit étre approuvé par
I'organisme national de surveillance.

3.3 Procédures d’homologation

Les procédures d’homologation sont spécifiées dans la présente norme et dans la spécifi-
cation appropriée.
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3 Quality assessment procedures

Procedures for quality assessment and release of components consist of:

— qualification approval procedures (see 3.3);
— quality conformance inspection (see 3.4).

3.1 Primary stage of manufacture

The primary stage of manufacture for splices hardware and accessories covered by this

specification is defined as:

of 11.2.fic) of IEC QC 001002.

3.2 Structural similarity

rms

The grduping of structurally similar components of qualification appjroval

and quaglity conformance inspection i

Structugally similar components shall:

|
o

- ilizethee'
- tilize the s@ c

They m

— be intended for different fibre structures or technologies.

The specific grouping of structurally similar components for the purpose of qualification
approval and quality conformance testing shall be approved by the national supervising

inspectorate.

3.3 Qualification approval procedures

Qualification approval procedures are specified herein and in the relevant specification.
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Les fabricants doivent:

— se conformer aux exigences générales de l'article 11 de la CEI QC 001002:

— se conformer aux exigences relatives a la réalisation de I'étape initiale de fabri-
cation (voir 3.1);

— fournir des résultats d’essai démontrant le succés des procédures d’homologation.

Les procédures de 3.3.1 et 3.3.2 constituent des méthodes alternatives d’homologation,
telles que prescrites en 11.3.1 de la CEl QC 001002. La spécification particuliére
précisera laquelle de ces méthodes doit étre utilisee.

3.3.1  Procédure d’échantillonnage fixe

La|procédure d'échantillonnage fixe consiste & soumettre un é mens & la
séquence d'essai d’homologation d'un échantillon fixe, telle q la spécifi-
cafion particuliére. L’échantillon sera prélevé dans la produ

Lalquantité d’échantillons pour I'homologation par la{proce g antillonnage fixe doit
étre indiquée dans la spécification particuliére.

Ap 5 groupes
do

3.3.

Lep par lot sur

un
de
dep

s au minimum) prélevés sur un intervalle
i$ périodiques seront ensuite eff¢ctués sur

Dgs échan s seronensuite prélevés sur les lots conformément & la CEl 410. On
effectuera un is quand la taille de I'échantillon condyit & zéro
dé pécimens supplémentaires pour obtenir ung quantité

o )(: niveau d’acceptation égal & un défectueux.

La iculiére doit préciser les dimensions, types et longueurs de fibre/cable
A utiliser scimens doivent étre montés en accord avec les instructions dlemploi du
fapricant (voir2.2.6)

3.3.4 Essai d’homologation

Les spécimens d’homologation doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles de la
spécification appropriée.

3.3.5 Défaillances au cours des essais d’homologation

Les fabricants doivent immédiatement aviser 'organisme national de surveillance (ONS)
d’une défaillance lors d’'un essai d’homologation. Si I'ONS décide que cette défaillance n'a
pas été expliquée et corrigée de maniére adéquate, le contréleur du fabricant pourra étre
chargé d’effectuer une analyse officielle de défaillance. Une fois celle-ci acheveée, le
fabricant doit préparer et soumettre un rapport de défaillance & I'ONS. Les rapports de
défaillance doivent décrire la défaillance et sa cause, et les mesures qu’il convient de
prendre.
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Manufacturers shall:

— comply with the general requirements of clause 11 of IEC QC 001002;

— comply with the requirements for the performance of the primary stage of manu-
facture (see 3.1);

-~ produce test evidence showing successful completion of the qualification test
procedures.

The procedures of 3.3.1 and 3.3.2 are alternative methods for qualification as prescribed
in clause 11.3.1 of IEC QC 001002. The detail specification shall specify which procedure
is to be used.

3.3.1 FKixed sample procedure

The fixed sample procedure consists of subjecting a sample of sps ixed

sample qualification test sequence as specified in the detail spe ple
shall be drawn from current production.
The sample size for qualificatioh approval by the fixed | be

specified in the detail specification.

Following the completion of group "0" tests the he othér groups shajl be

randomly selected from the group "0" spe

332 1

The lot- on a
specified number of inspegc s—{wi ofMhree) taken in as short a time as
possible| The periodic tests are erfe 2 e of
the lots.

Sampleq shall b Ction
shall be|used, but'when shall

be taken

333

The detail 3¢ §! sed.
Specime use
{see 2.2

3.3.4 Qualification testing

Qualification specimens shall meet the performance requirements given in the relevant
specification.

3.3.5 Qualification failures

Manufacturers shall immediately notify the national supervising inspectorate (NSI) when a
failure occurs during qualification testing. If the NSI determines that the failure has not
been adequately explained and corrected, the manufacturer’'s chief inspector may be
directed to conduct a formal failure analysis. When complete, the manufacturer shall
prepare and submit a failure report to the NSI. Failure reports shall describe the tailure
and its cause along with recommended corrective action to be taken.
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L’ONS décidera ensuite quelles mesures devront étre prises.

Tous les rapports de défaillance, y compris les directives de I'ONS, doivent étre inclus
dans le rapport d’homologation (voir 3.3.7).

Une ou plusieurs défaillances non résolues peuvent entrainer le refus de délivrer
'homologation.

3.3.6 Maintien de I'homologation

L’homologation des composants doit étre maintenue en apportant régulierement la preuve
de la conformité aux exigences de qualité, comme spécifié en 3.4.

L’homologation doit étre vérifiée dans le ou les cas suivants:

— le programme de production est tel que les essais

§vent étre
effectués a la fréquence prescrite,

— la conformité des composants & I'homologatio assurée.
Par exemple des modifications techniques peuvent s caracté-
ristiques du composant;
— la spécification est devenue plus sévére/a |2
L’'momologation doit étre vérifiée de i s en 1.5.3
et|11.5.4 de la CEI QC 001002.
3.8.7 Rapport
Lels résultats des £ssais doivent étre consignés dans un rapport
d!
3.4 Cont@d
Lg contrdle “de es et les
véJifications écification

p

Le

reg

e/conformer aux prescriptions générales des régles et grocédures
mité de la qualité des composants (article 12 de la CEI Q(} 001002).

Lgs séquen de contrdles périodiques et des controles lot par lot doivent spécifier les
grpupements, €t étre établies en accord avec le paragraphe 12.3 de la CEl QC 01002.

3.4.1  Contréle lot par lot

Le contréle lot par lot consiste & soumettre un échantillon de spécimens aux essais des
groupes A et B indiqués dans la spécification particuliére.

Les spécimens doivent étre prélevés sur chaque lot de contrdle en accord avec le plan
d'échantillonnage spécifié. lis doivent étre prélevés au hasard.

Les données des essais sur les composants en cours de fabrication peuvent étre utilisées
a des fins de vérification a la place du contréle de ces composants dans le produit fini.
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The NSI shall then decide the steps to be taken.

All failure reports, including the directions of the NSI, shall be included in the qualification
approval report (see 3.3.7). ‘

One or more unresolved failures shall be cause for refusal to grant qualification approval.

3.3.6 Maintenance of qualification approval

Qualification approval shall be maintained for components by continuously submitting
them to the quality conformance requirements as specified in 3.4.

Qualificqtion approval shall be verified if any of the following conditions
— tlje production programme is such that the periodic tests ¢ t at
the specified frequency;
- th t be
assufed; ance
of the component
- C
Qualification approval shall be re-verifiec ined in 1.5. 5.4 of
IEC QC([001002.
3.83.7 Report
Qualification testing resuit 2 arded i ificati rt in
accordance with 11.3 of | 2
3.4 Quality conzm
Quality i ified
herein gnd i eta
Manufag ures
governifig D).
Lot-by-Ipt and “periodic inspection schedules shall specify the groupings ang be
established in accordance with 12.3 of I[EC QC 001002.

3.4.1 Lot-by-lot inspection

Lot-by-lot inspection consists of subjecting a sample of specimens to the group A and B
tests specified in the detail specification.

Specimens shall be drawn from each inspection lot in accordance with the specified
sampling plan. They shall be drawn in a random fashion.

In-process control data on component parts may be used during the final inspection in lieu
of examination of these components in the finished product.
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3.4.1.1 Constitution des lots de contréle

Un lot de contréle peut comprendre un seul lot de production ou plusieurs lots rassemblés
avec les garanties suivantes:

— les lots de contréle doivent étre constitués de lots de production de modeéles
associables {voir 3.2);

— la période durant laquelle les lots de production ont été rassemblés ne doit pas
dépasser un mois.

Le plan de constitution des lots de production en lots de contréle doit étre approuvé par
I'organisme national de surveillance.

34.1.2 Lots rejetés

Les spécimens jugés défectueux lors des essais lot par lot doib i Suivant les
exigences de 12.4.1 de la CEl QC 001002. Les lots rejeté is afin de
cqrriger ou d’éliminer les défauts constatés. Les lots repfis’c i soumis a
un contréle renforcé. lls doivent étre séparés des nouve S { identifiés

camme étant des lots réinspectés.

3/4.2 Contréle périodique

Lé contrdle périodique consiste essais des
gfloupes C et D prescrits par la gpécificatio aque groupe d’essdis doit étre
effectué suivant la périodicité indig applicable.
Les périodicités seront synchro que le contréle du groupe D s¢ substitue
ali contrdle de groupe C pendan Ies%

344.2.1  Nombre déchaqtillons

La spécificatio i€ it indiquer le nombre d’échantillons pour e contrble
periodiqu@

LES spécime és sur des lots de contrdle ayant satisfait aux| exigences
d , pendant l'intervalle de temps écoulé depuis|le dernier

Cq

L particuliere doit spécifier les dimensions, types et longueurs delfibre/cable
alutiliser. Les_gpécimens doivent étre montés selon les instructions d’emploi du fabricant
(Moir\2.2.6).

3.4.2.3 Exigences

Les spécimens pour le contréle périodique doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles
indiquées dans la spécification appropriée.

3.4.2.4 Défaillances

Les défaillances doivent étre traitées suivant les procédures de 3.3.5.

Si un spécimen ne satisfait pas aux exigences d'un essai périodique, le contrleur du
fabricant devra immédiatement appliquer les prescriptions de 12.6 de la CEI QC 001002.
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3.4.1.1  Formation of inspection lots

An inspection lot may consist of one production lot, or of several lots which have been
aggregated under the following safeguards:

— inspection lots shall consist of structurally similar production lots (see 3.2);

— the period over which the production lots were aggregated shall not exceed one
month.

The plan for the aggregation of production lots into inspection lots shall be approved by
the national supervising inspectorate.

3.4.1.2 | Rejected lots

Specimgns found defective during lot-by-lot testing shall be treated jr

requirenents of 12.4.1 of IEC QC 001002. Rejected lots may be re

defects pr to screen them out. The reworked lot shall then b

using tightened inspection. They shall be separated from

identified as reinspection lots.

3.4.2 Periodic inspection

Periodic| inspection consists of subjectj ple e d D
tests spgcified in the detail specificali - riod
specified for the relevant assessment to
each other so that the group D inspectjo pD
period.

3.4.2.1 | Sample size

The sanjple size for pe

The spe bec-
tions of

3.4.2.2

The detdi sed.
Specimgns, 'shall beassembled according to the manufacturer’s instructions for [use
{see 2.2/6).

3.4.2.3 Regquirements

Periodic inspection specimens shall meet the performance requirements given in the
relevant specification.

3.4.24 Failures

Failures shall be treated according to the procedures of 3.3.5.

If a specimen fails to satisfy the requirements of a periodic test, the manufacturer’'s chief
inspector shall immediately initiate the requirements of 12.6 of IEC QC001002.
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Une ou plusieurs défaillances non résolues doivent entrainer le retrait de I’lhomologation.

3.4.25 Rapport

Les résultats des essais périodiques doivent étre conservés conformément aux pres-
criptions de 12.4.2 de la CEI QC 001002.

3.5 Rapports certifiés de lots acceptés

Les spécifications particuliéres doivent spécifier si un certificat de conformité des lots
acceptés est requis. Le cas échéant, ce certificat doit étre préparé en accord avec
I'article 14 de la CE! QC 001002 et contenir au minimum les informations suivantes:

— informations sur les attributs (c'est-a-dire le nombre de cgmposants téstés et le
nombre de composants défectueux) pour les essais dans | couvertes
par le contréle périodique, sans indiquer la cause du rejet;

— information sur les variables comme prescrit par 1a sg aire.

36 Livraisons différées

L¢s composants acceptés qui ont été stockés p : 2 ion du lot
o 5 examen doit étre recom-
m : al de surveillance. Les
p e période spécifiéeg.

Nterme, tels que des adhésifs, sont|fournis avec
& la date d’expiration (année et numéro de la
semaine — voir 1SO 8601), ainsi que 2 igences ou précautions concernant les ripques ou les

37 Livraisons |autori.

Qpand Ie [ it ont 6té
remplies pour livrer des
cq :

3]

Dg priée sont
ufi hational de
sy its a ceux

obtenus’ parNes méthodes spécifiées. En cas de contestation, seules les| méthodes
spécifiées doivent étre utilisées.

3.9 Paramétres non vérifiés

Seuls les paramétres qui ont été spécifiés dans une spécification particuliére et qui ont
subi des essais peuvent étre censés respecter certaines limites spécifiées.

Il ne sera pas présumé que tout parametre non spécifié restera uniforme et inchangé d'un
composant a I'autre. S'il devient nécessaire de contréler des parametres autres que ceux
spécifiés, alors une nouvelle spécification particuliére plus détaillée devra étre rédigée et
employée. Les méthodes d’essais supplémentaires doivent alors étre décrites. Les limites
de performances et des niveaux appropriés d’assurance de la qualité doivent étre
indiqués.
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One or more unresolved failures shall be cause to withdraw qualification approval.

3.4.2.5 Report

Periodic testing results shali be maintained in accordance with the requirements of 12.4.2
of IEC QC 001002.

3.5 Certified records of released lots

Detail specifications shall specify if a certified record of released lots is required. When
required, the record shall be prepared in accordance with clause 14 of IEC QC 001002
and contain as a minimum, the following information:

detefctive
tion\dwithout

— aftribute information (i.e. number of components tested and number
components) for tests in the sub-groups covered by periodic/i
referg¢nce to the parameter for which rejection was made;

~ variable information as required in the sectional specification.

3.6 Delayed deliveries

han two years
e re-examinption
ved by the natjonal
into store for angther

Releas components which have been in store for

procedu
supervig

specifie
NOTE ials, as esives, are supplied with the apparatus, the
manuf] number — see 1SO 8601), togethdgr with

any re

3.7 D¢

When the condi ‘ hanging to reduced inspection have been satisfied for
all group B tests, the 1 S itted to release components before complgtion

of these|tests.

3.8 Al
Alternat sthods o those specified in the relevant specification may be ysed.
Howeve ] rgr shall satisfy the national supervising inspectorate thaj the

alternat give results equivalent to those obtained by the method specjfied.
In case|of disputexofly the test method specified in the relevant specitication shall be
used.

3.9 Unchecked parameters

Only those component parameters which have been specified in a detail specification, and
which were tested, can be assumed to be within the specified limits.

It should not be assumed that unspecified parameters will be uniform and unchanged from
one component to another. If it should be necessary to control parameters other than
those specitied, a new, more extensive, detail specification shall be written and used. The
additional test method(s) shall be described and appropriate performance limits and
assessment levels specified.
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4 Procédures de mesures et d’essais d’environnement

41 Conditions normales d’essais

1073-1 © CEI:1994

Les conditions atmosphériques normales de la CEIl 68-1 sont applicables, y compris le
temps de reprise pour le spécimen. La spécification appropriée doit spécifier les pro-

cédures de préconditionnement et de reprise.

4.2 Spécimens

Les spécimens, y compris la fibre ou le cable & utiliser, doivent étre définis dans la spécifi-

cation appropriée.

4.8 Nettoyage des surfaces optiques

4.4 Méthode de mesure

Lés procédures de mesure a utiliser pour l'ass
nées dans le tableau 2.

441 Examen visuel

4411 But

cgqnception, de fabrisation et de

4K4.1.2 Des
Le spécimg ,

cgmposants

La nettoyage des surfaces optiques est autorisé en tant quop
ngment et de reprise d’essai, sauf indication contraire d
Lg nettoyage doit étre conforme aux conditions des instr

s'assure qu'il contient le nombre et leg
ution est satisfaisante et le marquage correct.

PDleau 2 — Liste des procédures de mesures

Econdition-
%rticuliére.
2.6).

sélection-

gences de

types de

Procédure Paragraphe

Examen visuel 4.41
Dimensions 4.4.2
Examen du produit 4.4.3
Perte d'insertion 4.4.4
Puissance réfléchie 4.45
Contréle de la perte d'insertion 4.4.6
Contréle de la puissance réfiéchie 4.4.7
Contréle simultané de la perte d'insertion

et de la puissance réfiéchie 4.4.8
Affaiblissement diaphonique 4.4.9
Immunité a |'éclairement extérieur 4.4.10
Atténuation spectrale - 4.4.11
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4 Measurement and environmental test procedures

4.1 Standard conditions

The standard atmospheric conditions, including specimen recovery, of IEC 68-1 apply. The
relevant specification shall specify the preconditioning and recovery procedures.

4.2 Specimen

The specimen, including the fibre/cable to be used, shall be defined in the relevant

specification.

4.3 Cleaning of optical surfaces

Cleaning the optical surfaces is permitted as part of test preconditi
unless gtherwise specified in the detail specification. Cleaning shall\b
the instructions for use (see 2.2.6).

4.4 Mpasurement procedures

The mejasurement procedures to be used for quality as
table 2.

4.4.1 |Visual inspection
4411 | Purpose

The pu
constru

4412

The sp
compo

be selected

Procedure Subclause
\)isual inspection 4.41
Dimensions 442
Examination of product 4.4.3
Insertion loss 444
Return loss 4.4.5
Monitoring insertion loss 446
Monitoring return loss 4.47
Simultaneous monitoring of insertion loss
and return loss . 4.4.8
Crosstalk 4.49
Ambient light coupling 4.4.10
Spectral loss 4.4.11

very
with

from
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4.41.3 Appareillage

Comme prescrit.

4414 Procédure
a) Préconditionner le spécimen comme spécifie.
b) Examiner visuellement le spécimen en vérifiant qu'il répond bien aux exigences
spécifiées.
c) Exécuter la procédure de reprise spécifiée.

4415 Prescription

Ld nombre et le type des composants constituant le spécime
prescriptions de la spécification appropriée.

Ld marquage doit étre en accord avec les exigences de 14

44.1.6 Détail a préciser
Lgs détails suivants doivent, le cas échéant, é pécification appropriée:

— le nombre et type de compg
- le marquage; _
— la procédure de préconditig

d’essai normalisée.

i S 8 e s'assurer que le spécimen est conforme aux|exigences
di joR

442.

Tq S nsions doivent étre mesurées pour vérifier leur conformité aved la spécifi-
cqtion appro e.

QIIE

4.42.3 Appareillage

Lorsqu'une méthode de mesure est spécifiée dans la spécification applicable
(voir 2.2.4.1), cette méthode doit étre utilisée. Sinon, des instruments de mesure
appropriés peuvent étre employés.

4.42.4 Procédure
a) Préconditionner le spécimen comme indiqué.
b) Mesurer les dimensions.

¢) Effectuer la procédure de reprise spécifiée.
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4.41.3 Apparatus

As required.

4414  Procedure
a) Pre-condition the specimen as specified.
b) Visually inspect the specimen to the specified requirements.

c) Perform the specified recovery procedure.

4.415 __Requirements

The nunlber and type of components which comprise the specimen sh
the releyant specification.

Marking|shall be in accordance with the requirements of the relé¢

4.41.6 | Details to be specified
The follgwing details, as applicable, shall be given i

— nimber and type of components;
n-]‘arking:

— pre-conditioning procedure;
— rgcovery procedure;

— deviation from stang

4,42 Dimensioi
4421 | Purpose
The purpose of this proceduxe s
requirements gi i ant specification.

4422

All dimepsi are measured for conformance to the relevant specification.

wd in

Rsure that the specimen conforms to the dimens

onal

4.4.2.3 Apparatus

When a size measurement method is specified in the relevant specification (see 2.2.4.1),
this method shall be used. Otherwise, appropriate measuring instruments may be used.

4424 Procedure
a) Pre-condition the specimen as specified.
b) Measure the dimensions.

c) Perform specified recovery procedure.
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4425 Exigences

Toutes les dimensions doivent étre conformes a la spécification appropriée.

4.42.6 Détails a préciser
Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre donnés dans la spécification appropriée:

— les dimensions;
- les méthodes de mesure des dimensions, si nécessaire (voir 2.2.4.1);
— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les écarts par rapport & la procédure d’essai normalisée.

4.4.3 Examen du produit
4.4.3.1 But

Lg but de cette procédure est de rechercher sur ue odification)s pouvant

répulter d'un essai d’environnement (essai initial

44.3.2 Description générale

Lg spécimen est tout d’abord
spécifié dans I'essai initial. Aprés
a pouveau inspecté pour recherche ge_résulfant du conditionnement.

1u moment
cimen est

44.3.3 Appareillg

Dg¢s instruments puissance

ddg grossisseme

2y

cune-fissurey’éclat ou autre dommage pouvant nuire au fonctionnement normgl.

Le marquage doit étre lisible.

4.4.3.6 Détails a préciser
Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre donnés dans la spécification appropriée.

— la durée de la mesure initiale;
— le temps de {a mesure;

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.
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4.425 Requirements

All dimensions shall be in accordance with the relevant specification.

4.42.6 Details to be specified
The following details, as applicable, shall be given in the relevant specification:

— dimensions;

— size measurement methods, if required (see 2.2.4.1);
— pre-conditioning procedure;

— recovery procedure;

- delviations from standard test procedure.

4.4.3 Examination of product

4.4.3.1 | Purpose

The purpose of this procedure is to examine a specime
from an pnvironmental test (primary test).

4.4.3.2 | General description

The specimen is initially examined,
primary |test. After the environmental
damage [resulting from the conditioning.

4.4.3.3 | Apparatus

Optical jnspection insf
optical magnification is

4.43.4 | Proced

a) Visually ingpe ¢ gt the initial measurement time specified in

primgry test.
b) R

4435
The spegi vall show no evidence of broken, loose, deformed or displaced parts; t
shall be| no‘evidence” of cracks, chips or other damage which might be detriment

normal qperation of the specimen.

he time specified in
en is again inspected

ed as )appropriate. The maximum allow

ich may result

the
| for

able

the

here
hl to

Marking shall be tegible.

4.4.3.6 Details to be specified
The following details, as applicable, shall be given in the relevant specification:

— initial measurement time;
— measurement time(s);

— deviations.
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4.4.4 Perte d’insertion
4441 But

Le but de cette procédure est de mesurer la diminution de la puissance optique résultant
de Finsertion d’une épissure sur une longueur de céble & fibre optique.

Les pertes d'insertion ne sont pas entiérement dues & des défauts de I'épissure. Les
défauts de la fibre y contribuent également. Des variations dans la géométrie et les
propriétés optiques des fibres monomodes et muitimodes créent des pertes au niveau du
raccord. Ces variations existent entre différents lots sur une méme longueur de fibre (par
exemple diametre, ellipticité et excentration du coeur; variation de I'ouverture numeérique,
etc.). Naturellement, ces pertes ne doivent pas étre attribuées 3 I'épissure. Il est
cdpendant impossible de les séparer de celles dues a cette derniére.

Par conséquent, il convient de spécifier dans la spécification/app i priétés de
la[fibre d’essai afin de réduire les pertes de la fibre durant la mesures

Lg gente diffé-
re i accordy La distripution des
m g la~$ource lunfineuse, du
ty jbre et, a I'exdeption des
fil , i issance optique. De plus) lorsque la
pui 2 i e de modes de |puissance
la uussan e optique. II est donf essentiel

dg les fibres
m 1ées. Pour
les agé soit le
m
44.4.
ipn.
e implique
iritiale soit effectuée sur une fibre continue (inintefrompue et
La fibre est ensuite coupée, I'épissure insérée et la mesure est
e domaine
ée par les
4 épissures
tement de

rétrodiffusion des fibres. L' affaiblissement de I'épissure est obtenu a pamr de la moyenne
des mesures de rétrodiffusion effectuées aux deux extrémités de la fibre.

4443 Appareillage
L’appareillage comprend:

— une source de lumiére S;
— un détecteur de lumiére D; ou
— un réflectométre dans le domaine temporel OTDR;

— un extracteur de mode de gaine, si requis.


https://iecnorm.com/api/?name=2b40c98544c51e5e827268275dfc128a

1073-1 © IEC:1994 ‘ - 55—

4.4.4 Insertion loss
4.4.41 Purpose

The purpose of this procedure is to measure the decrease in optical power which results
when a splice is inserted into a length of optical fibre.

Insertion losses are not entirely caused by splice inaccuracies. The inaccuracies of the
fibre also contribute losses. Variations in the geometry and optical properties of both
single-mode and multimode fibres create losses at the junction. These variations exist
between different lots of fibres as well as within lengths of a single fibre (for example, core
diameter, core to cladding concentricity, numerical aperture, etc.). Obviously, these losses
should not be attributed to the splice. It is impossible, however, to separate them from
those cdused by the splice.

Test fibfe characteristics should therefore be specified in the r iqn to

minimiz¢ fibre losses during measurement.

The mepsurement of insertion loss is complicated becayse ical’j i Hﬂibits
j ode

distributjon at any point in a fibre is a function of the dight a type

of opticgl coupling between the fibre and the source( thefi 3 i btion
of singl¢-mode fibre, the distance that the hght ave : fien light is lnjected into a
fibre, thHe cladding carries light mogde : aw3a It is
thereforg essential that the onditions ified i vant
specific § ibltion
shall be|. y the

4.442 | General des

Two different ms

Method |1 is an idesd asurement procedure. It involves making the initial
power 1 | The
fibre is fhen K

Method ve-bacRscattering or optical time domain reflectometer (OTDR) techniqpe. It
is a very practicak.accurate and suitable method characterized by its independence from
fluctuatipns -of source, detector, coupling devices, etc. Splices may be indicated by a
positive -or Tregative step deperdingomthe—backscattering—behaviour-of-the—tibres: The
splice attenuation is obtained from the average of the backscattering measurements
carried out at both ends of the splice.

4443 Apparatus
The apparatus consists of:

— alight source S;

— a light detector D; or alternatively

— an optical time domain reflectometer OTDR,;
— a cladding mode stripper, if required.
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Source de lumiére S

a) La configuration du rayonnement émis doit avoir une ouverture numérique (NA)
supérieure & celle de la fibre utilisée et un diametre de tache supérieur au diamétre du
coeur de la fibre utilisée.

b) La longueur d’onde utilisée (tolérance de la longueur d’onde du dispositif comprise)
doit correspondre a celie de la ou des fibre(s) utilisée(s).

c) Sa puissance optique doit présenter une stabilité minimale de 0,01 dB pendant un
laps de temps suffisant pour effectuer la procédure de mesure.

Détecteur de lumiere D

a—te—détecteur—{ettes—composants—¢tleetroniques—assoeiés) doit6tre—gapable de
mesurer toute I'énergie en provenance de la fibre. Il doik (étre lingairg pour les
longueurs d’onde utilisées et pour la plage de puissance es
E
I'indice de
inférieur a
rmettre la
Rg¢
LOTDR doit avoir u i st avoi i i e 50 ns ou
inférieure.
414.4.4 Procé
G-énéralitéii
pivent étre
b éléments
émetteur etdétecteur pour limiter les erreurs de mesure dues au mouvement relatif.
la—fibre—deoitétre—suffisamment faible pout éviter les

cr—tapdissance inje\.tée dans
effets de diffusion non linéaires.
d) On prendra des précautions pour garantir 'absence de modes de gaine aux

interfaces de I'épissure ou du détecteur. Les modes de gaine doivent étre éliminés par
une fonction naturelle de la longueur de fibre ou par addition d’un extracteur de mode.

e) On réalisera la distribution de modes, & Tinterface de I'épissure, comme spécifié
dans la spécification appropriée, par une fonction naturelle de la longueur de fibre, ou
en utilisant un simulateur de mode d’équilibre ou un mélangeur de modes.

f) La fibre d’essai choisie doit répondre aux parameétres des fibres spécifiés dans la
spécification appropriée.

g) Les changements de position des fibres doivent étre limités durant la procédure
d’essai et on veillera & ne pas dépasser le rayon de courbure minimal spécifié.
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Light source S

a) The output radiation pattern shall have a numerical aperture (NA) greater than
the NA of the fibre used and a spot diameter greater than the core diameter of the fibre
used.

b) The operating wavelength (including device wavelength tolerance) shall correspond
to the wavelength for the fibre or fibres used.

c) it

shall be stable within 0,01 dB in output power over a time duration long enough to

complete the measurement procedure.

Light detector D

a) Thedeteete ra-asseciated-electron hall-be-capable—of meaguringall eqergy
exiting from the fibre. It shall be linear at the wavelengths used and.g cted
range of power.
b) The resolution of the detection equipment shall be 0,01 dB.

Cladding mode stripper CMS
a) The refractive index of the stripping medium shall be ose to but not
less {han the refractive index of the outer surface of the
b) The length of fibre in contact the
cladging modes are removed.

Optical

The OT SS.

4444

Genera

The foll
a) T such
a wa 3 and
shall{be.cleany
b) i shall be appropriately fixed to the source and detector units to
mini ent errors due to relative motion.
C) b o war—larinab o H H A H O—peVe a inear
scattering effects.

d) Precautions shall be taken to ensure that cladding modes are not present at the
splice or detector interfaces. Cladding modes shall be stripped either as a natural
function of the fibre length or by adding a cladding mode stripper.

e) The mode distribution at the splice interface, as specified in the relevant specifi-
cation, shall be achieved either as a natural function of fibre length, or by using an
equilibrium mode simulator or a mode scrambler.

f) The test fibre shall be selected to meet the fibre parameters as specified in the
relevant specification.

g) Positional changes of the fibres shall be minimized during the procedure and
precautions shall be taken not to exceed the specified minimum bend radius.
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Calcul statistique de la perte d’insertion

Les épissures mécaniques montrent souvent une variation significative de la perte de
I'épissure quand elles sont accouplées, désaccouplées, réaccouplées. Ces variations,
dues aux tolérances de fabrication, aux propriétés des matériels et au finissage, rendent
difficile d’obtenir une indication fiable de la performance de I'épissure a partir d’'une seule
mesure de perte de 'épissure.

On peut obtenir une mesure plus fiable des performances d'une épissure mécanique en
calculant I'écart moyen et I'écart type d’'un certain nombre de mesures. Le nombre de
mesures et la méthode de réaccouplement de ['épissure au cours de ces mesures
dépendant de la famille et du montage du connecteur concerné. La procédure de
répccouplement ci-dessous doit donc éfre suivie:

a) I'épissure mécanique doit étre complétement désaccoup lée lors de

chaque mesure;
in mouve-

Le 1é dans la
sf pivent étre
sy hximale et
d’ e effectué
ef

C
ng
fil

mesure idéale de la perte dinsgrtion. Elle
hre ainsi que la préparation et la conngxion de la

Figurp 1

b) Mesurer la puissance (F).

¢) Couper la fibre (L) en deux trongons (L1) et (L2). Placer I'epissure entre les tron-
cons, comme indiqué & la figure 2.

Epissure

5 L2

A
\

A
A

Figure 2
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Statistical assessment of insertion loss

Mechanical splices will often exhibit a significant variation in splice loss when mated,
uncoupled and remated. These variations, which result from causes such as manu-
facturing tolerances, material properties and finishes make it difficult to obtain a reliable
indication of splice performance from a single splice loss measurement.

A more valid assessment of the performance of a mechanical splice results from calcu-
lating the mean and standard deviation of a multiplicity of measurements. The number of
measurements and the method for remating the splice when making the multiple measure-
ments depend on the nature of the particular mechanical splice family and arrangement.
The follgwi i

b) n
and multiple measurements made at each location;

¢) sipgle-keyed mechanical splices shall have multi
keyed position.

The number of measurements to be made relative to\the\a iti shall be specified
in the re¢levant specification. The requi i insertion loss shall be
specifiei in the relevant specificatis m mean loss and| the
maximumn standard deviation of the mea standard deviation $hall

be madgq using the assumption of a stati
Method |1

ufement. It requires a new length of fibre

This method defines a 3
e fibre to the source and detector for ¢ach

as well &s the pr ra
splice measured:

a) Cpnfiguret iti ant’set-up as shown in figure 1.

Figure 1

b) Measure power (F,).

c) Cut fibre length (L) into sections (L1 and L2). Install the splice into the cut fibre as
shown in figure 2.

Splice

11 L2

A
A4
A

Figure 2
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d) Mesurer fa puissance (P,).
e) Calculer la perte d’insertion en (dB) comme suit:

P1
ag=-10log (——) (dB)
0

Méthode 2: technique par rétrodiffusion (OTDR)

Il s’agit d'une méthode alternative pour mesurer la perte par insertion d'une épissure de
fibre optique en cas de jonction entre des fibres identiques. La méthode par OTDR est la
seule méthode d'essai apte & mesurer la perte de I'épissure entre deux fibres différentes.
La|longueur de fibre totale sera suffisante pour éviter de mesurer l/eépissure dafs la zone
indctive de I'OTDR. Selon le type d’OTDR, la longueur totale deAi biquement
de[200 m. Les extrémités de la fibre peuvent étre connectées ent ou au
mqgyen d’un connecteur & fibre amorce.

Mgthode 2.1: mesure unidirectionneile

a) Le dispositif initial de mesure est indiquéZ/ia‘ﬁQU\
O

>
/\/
%’;
'@

L2

¢/la fibre coupée a la longueur L1.

soit choisie de longueur suffisante pour obtenir une (distinction
pént de I'épissure dans la trace rétrodiffusée a I'extéfieur de la
causée par la réflexion de Fresnel de 'extrémité d’entrée de |p fibre. Le

uffisamment long pour éviter tout effet de I'extrémité de la fibre sur
era au moins L1/2.

e)_Enregistrer la caractéristique de rétrodiffusion de I'épissure. La caractéfistique de
refrodiffusion typique d’une epissure par fusion est indiquée & fa figure 4a, et celle
d’une épissure mécanique a la figure 4b:

Dans une représentation linéaire, la perte par insertion (ag) est donné par:

Py .
ag =5 log -5 (dB) (voir note 1)
B

NOTE 1 — La puissance incidente ainsi que la puissance rétrodiffusée sont atténuées par la perte de
I'épissure. Le niveau de puissance rétrodiffusée Py est donc affecté deux fois par la perte de |'épissure.
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d) Measure power (P,).
e) Calculate the insertion loss in (dB) as follows:

P1
ag = -10 log B (dB)

Method 2: backscattering technique (OTDR)

This method is an alternative test method to measure the insertion loss of an optical fibre
splice if identical fibres are spliced. The OTDR method is the only suitable test method to
measure_the splice loss between two different fibres. The total fibre length shall be long
enough {o avoid the measurement of the splice in the dead zone of the OTDR. i

on the type of OTDR the total fibre length L should typically be about 20
the fibre|may be connected to the OTDR unit directly or by means o{/a\pi

tai

Method P.1: unidirectional measurement

a) The test measurement set-up is shown in figure

P\ LO A

Y

blice
snel
ong
1/2.

e) Rpeord the backscatter characteristic of the splice. The typical backscatter chgrac-
teristic of a fusion splice is shown in figure 4a, and of a mechanical splice in figare 4b.

On a linear representation the insertion loss is given by:

Pa
ag=>5log —=— (dB) (see note 1)
Ps

NOTE 1 — The incident power as well as the backscattered power is attenuated by the splice loss. The
backscattered power level Py is therefore affected twice by the splice loss.
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Dans une représentation logarithmique, la perte par insertion (ag) est donnée par:

ag = ag—a, (voirnote 2)

NOTE 2 — Les quantités ay et a, sont les affaiblissement d’'une voie unique aux points A et B respec-
tivement, en dB (voir la figure 4a).

Perte Puissance Perte Puissance
(dB) (mW) (dB) (mW)
ajp -~ Pa 1Pa
ag - PB PB
1 L2
CEI 456194 CEl 457194
Higure 4a — Perte de I'épissure d'une
épissure par fusion
Pefte Puissance
(d8) (mW)
4 PA
Pg
CEI 458194 CEI 459194
Igure 4¢ — Perte negative de I'epissure Figure 4d — Perte negative de Irepissure

d'une épissure par fusion

d'une épissure mécanique

P, et Py sont les puissances rétrodiffusées aux points A et B respectivement. La perte de I'épissure est
évaluée comme la distance sur l'ordonnée entre les deux lignes qui s’adaptent le mieux & la puissance
rétrodiffusée avant et aprés I'épissure.

Figure 4 — Perte d’insertion de épissure par rétrodiffusion
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On a iogarithmic representation the insertion loss is given by:

ag=ag—a, (seenote 2)

NOTE 2 — The quantities ag and a, are the one-way path losses to points A and B respectively, in dB
(see figure 4a).

Loss Power loss Power
(dB) (mW) (dB) (mW)
Py I
Pg \Q
\/
TR AN
i o - IEC 456194 P X IEC | 457194
Figure 4p — Splice loss of a fusion splice &b @Iice oss of a mechanical splice
Loss Power
(dB) m dB) (mw)
1 P
% "
IEC 438194 IEC| 459194
Figure 4c — Negative splice foss of a Figure 4d — Negative spilce 1055 oY

fusion splice a mechanical splice

P, and P, are the powers backscattered at points A and B, respectively. Splice loss is evaluated as a distance
on the ordinate between the two lines which best fit the backscattering power before and after the splice.

Figure 4 — Splice insertion loss with OTDR
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Méthode 2.2 Mesure bidirectionnelle
a) Episser les deux fibres de longueur L1 et L2.

Epissure

OTDR O

L1 L2

A
v
X

Figure 5

b) Il convient que L1 et L2 soient choisies de longueur suffisante pourioptenir une
distinction nette de la perte de I'épissure de la trace rétrodiffugee.

c) Mesurer et enregistrer la perte de I'épissure selon le di indiqué a
la figure 5.
d) Mesurer et enregistrer I'affaiblissement de I'épis : trémité de la

Epissure (\
/\\f\ /(7 A OTDR

L1 EL L2

A

C

jon typique de I'enregistrement par OTDR d'une

I"affaiblissement négatif de I'épissure commg¢ indiqué a
¢ ‘@pissure par fusion et figure 4d, dans le cas |d'épissure
N est1a différence dans le coefficient du parametre rgtrodiffusé

pissées. Pour éliminer les contributions des désadaptations de

woyenne des valeurs d’affaiblissement de I'épissure obtenuep dans les
phaseés.g) et\d). La valeur moyenne est considérée comme étant la perte pgr insertion

4.445 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée.

— la méthode;

— les caractéristiques de 'OTDR (par exemple longueur d’onde),

— les conditions d’injection;

— le nombre de mesure nécessaires pour établir la moyenne;
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Method 2.2 Bidirectional measurement
a) Splice the two fibres of length L1 and L2.

Splice

OTDR O

L1 L2

Yy

A
A
A

Figure 5

b) Lt and L2 should be chosen to be long enough to get a clear

istinction\\of the
splicg loss of the backscattered trace.

c) Measure and record the splice loss according to the test set-Up shown i figure|s.

d) Measure and record the splice attenuation from the ccofding

to the test set-up shown in figure 6.

e) The typicglhach of the OTDR record of a splice is shown in
figures 4a an

e of
this
liced
bure-

Splice

A

alue

4445 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

— method;
— OTDR characteristics (for example, wavelength);
— launch mode conditions;

— number of measurements to be averaged;
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— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les exigences fonctionnelles;

— la perte par insertion admissible;

— I'écart admissible de la perte par insertion;

— lestrongons de fibre L, L1 et L2;

— écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.

4.4.5 Puissance réfléchie

4452 Description générale

moyen d’un dispos 3 rend trois

sthode 1: fis c

M

CTtte méthode amorces.
El i hires et de
dg
Mg
Cette mé Lplage, un

Méthode 3. technique par rétrodittusion

Cette méthode utilise un réflectométre dans le domaine pour mesurer la puissance
réflechie. La mesure de la puissance réfléchie par la technique par rétrodiffusion est
précise et pratique, et elle n’est pas influencée par les fluctuations de la source, du
détecteur ou du dispositif de couplage. Elle permet d’évaluer la puissance réfléchie en
détectant celle du spécimen et en la comparant avec une réflection standard connue. La
réflection standard peut étre obtenue en plongeant I'extrémité de la fibre dans un liquide
ayant un indice de réfraction connu. Cette méthode peut étre aussi utilisée pour mesurer
des spécimens adjacents dans un trongon d’essai.
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— preconditioning procedure;

— recovery procedure;

— performance requirements;

— allowable insertion loss;

— allowable deviation of the insertion loss;
— the fibre lengths L, L1, and L2;

— deviations from standard test procedure.

4.4.5 Return loss

4451 | Purpose

The purpose of the procedure is to measure the return loss due to 3
Return 1pss is the measure of the fraction of input power that is re

by optical fibre splice, can be produced by a difference in the\index ¢
adjacent components. It is also dependent on other facto
index, spectral line width or coherence length of the sours
optical ports, etc.

: Ctive
g, proximity of

4.45.2 | General description

optical power before the splice jwith
dypower can be achieved by using
three measurement methods.

The medsurement is made by comparing
the reflefted optical power. The measutem
a branclling device, or an O'NDR. This pxoc

Method

This me of a

branchin

Method
This is g ethod 1 and uses a branching device, one temporary joint,|one
detectorjanda non ctive termination.

Method 37 backscatler fechnique

An optical time domain reflectometer is used to measure return loss in this method. The
measurement of return loss by the backscatter technique is a practical and accurate
method characterized by its independence from fluctuations of a source, detector, and
coupling device. This method allows the evaluation of return loss by detecting the
reflected power of the specimen and comparing it with a known standard reflection. The
standard reflection may be achieved by immersing the end of the fibre in a medium with a
known refractive index. This method is also suitable for measuring adjacent specimens in
a test length.
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4.45.3 Appareillage

Méthodes 1 et 2

L'appareillage comprend:

M

L'appareillage comprend:

M

#.5.4 Procédur

— une source optique S de propriétés d’émission connues (longueur d’'onde, largeur
spectrale, etc.) et un détecteur compatible D;

— un dispositif de couplage BD capable de fonctionner a la longueur d'onde de la
source optique, et dont les coefficients de transfert et le surplus de perte pour cette
longueur d’'onde sont connus;

— un raccordement T, c’est-a-dire un moyen de raccorder lextremlté libre de
‘ que cette
derniére ait une puissance réfléchie supérieure a 60 dB et erm btration de
la lumiére ambiante dans la fibre. Un matériau adaptateu indj 8pé par un

- un équipement TJ permettant de lier temporaire as fjbre 8. maniére non
réfléchissante, si nécessaire.

6thode 3

— un refléctométre dans le ¢
— une unité d’excitation E, si né

sthode 1

a) Pré le
/\j\\ BD <> < D
P

Y

Figure 7

Lorsqu'on installe le dispositif d’essai, prendre soin d’interconnecter tous les
composants et interfaces de fagon que la puissance réfléchie par ces interfaces soit
reproductible.

On utilisera des méthodes permettant de ramener la puissance réfléchie par le
détecteur D et celle des raccords temporaire TJ & un niveau acceptable; ces méthodes
seront indiquées dans la spécification particuliere appropriée.

b) Mesurer le coefficient de transfert T, 5 du dispositif de couplage BD entre les
bornes 2 et 3 conformément & 17.1.1 de la CEl 875-1. Pour ces mesures, la source S
doit étre identique a celles utilisées pour mesurer la puissance réfléchie de I'épissure.
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4.453 Apparatus
Methods 1 and 2

The apparatus consists of:

— an optical source S of known transmission characteristics (wavelength, spectral
width, etc.) and a compatible detector D;

— a branching device BD capable of being used at the wavelength of the optical
source, and having known transfer coefficients and excess loss at that wavelength;

— atermination T (i.e. a means of terminating the free end of the splice set under test
and
an

opaqye non-reflective container is a good example.);

— ameans TJ of temporarily joining fibres in a non-reflecti if decessary

Method |

A

The apparatus consists of:

— arn optical time domain reflector
— an excitation unit E, if required;
— aptandard reflection element Ay

4454 Procedure

Method |

a) Cmfigure@we surement s
<
s (O

D1

Figure 7

When setting up the test arrangement, care should be taken to interconnect all fibre
components and interfaces so that the return loss from these interfaces is repeatable.

Procedures to reduce the reflected power from the detector D and the temporary
joints TJ to an acceptable level shall be used and specified in the relevant detail
specification.

by Measure the transfer coefficient T. of the branching device BD between
terminals 2 and 3, in accordance with 17.1.1 of IEC 875-1. The source S for these
measurements shall be the same as that used to measure the splice return loss.
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c) Apres s’étre assuré de la stabilité et de la fidélité du montage d’essai conformément
a la spécification appropriée, enregistrer les niveaux de puissance P, et P;.

d) Retirer la longueur de fibre L1 du montage et la remplacer par une épissure a fibre
amorce comme indiqué 3 la figure 8. La longueur de fibre L2, I'épissure et les fibres
associées doivent étre assemblées conformément aux instructions du fabricant. On
fera particuliérement attention aux instructions concernant le nettoyage, au choix et a
Putilisation des matériaux requis, fluides adaptateurs d’indice, gels, etc.

Epissure
1 2
TJd TJ
S BD - S D
3Py <
D1

Figure 8

valables a
poraires.

condition de pouvoir consigiérer comme

ber en présence d'interstices ou dans le cas ¢'adaptations
seut 8tre alors\mécessaire de mesurer la puissance réfléchie pqur plusieurs

2 Des rgtiexio
d'indices arfait

fongueurs ddn

ispositif de
ns le cas

a)/ Le dispositif de mesure est représenté a la figure 9.

1 2

TJ
S BD - T

Figure 9
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c) After ensuring the stability and repeatability of the measurement set-up, in
accordance with the relevant specification, record power levels P, and P,.

d) Remove fibre length L1 from the set-up and replace it with a pigtail splice as shown
in figure 8. The length of fibre L2, the splice and associated fibres shall be assembled
in accordance with the manufacturer’s instructions. Particular attention should be given
to the cleaning instructions and the selection and use of any required index matching
fluids, gels, etc.

Splice
1 2
Td TJd
S BD <> —— <+ D
3P/ - [ 3 -
D1

Figure 8

e) A
fy G

NOTE

1  The formulae used jn this methpd are valickprovided
can be neglected.

2  Multiple refleetions san exishunder
For thgse cases be(necessa

e losses associated with the temporary |joints

. yhere small gaps and imperfect index matching |exist.
syrethé return loss at more than one wavelength.

Method

Care m en making this measurement to ensure that the power|loss
attributgb g device is taken into account when measuring the reflgcted
power 1 otherwise aalsé reading will be obtained.

a) Theummeasurement set-up is shown in figure 9.

1 2

TJ
S BD > T

Figure 9
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b) On doit veiller & ce que les modes de gaines ne soient pas présents a I'entrée du
dispositif de couplage. Les modes de gaine doivent étre éliminés soit comme une
fonction propre de la longueur de fibre soit par adjonction d’un extracteur de modes de
gaine. '

¢) Brancher la source S et le détecteur D jusqu'a ce qu’ils se stabilisent.
d) Préparer les extrémités des fibres du dispositif de couplage et celles de la fibre

d’essai soit en les clivant, soit en les polissant pour obtenir des extrémités lisses, bien
planés et perpendiculaires a I'axe de la fibre.

e) Raccorder P'extrémité libre de la fibre d’essai au raccordement de la fibre T. Le
rayon de courbure des fibres du dispositif de couplage et de |a fibre d’essai ne doit pas
étre inférieur & 200 mm pour éviter la perte des modes de gaine.

Ty Eviter de modifier les conditions d'injection et de deplacer 1eg racsoras tgmporaires
pendant 'essai. Raccorder le détecteur D a I'orifice de sortie disposiijf\dg couplage
BD. Mesurer la puissance P;.
g) Couper la fibre d’essai, préparer ses extrémités et la Bpécimen,
suivant les instructions du fabricant. Accoupler le spéci puissance
réfléchie P, (voir montage de la figure 10).
i
1 2
Td
S BD -—> C T
AN
[ )7
0
igure 10
h) Relie;\\/re ¢ y raccord temporaire TJ comme indiqué a la figure 11 et
mesurer | issgnce
§ Epissure
Td P,
N+ S BD —— 4+—» — D
3
Figure 11

i) Calculer la puissance réfléchie R a 'aide de I'équation suivante:

P, - P,
R=-10log —-——P——— +10 log TQ,3 (dB)
3

ou T, 5 correspond au coefficient de transfert du dispositif de couplage de l'accés 2 &
acceés 3, en utilisant I'accés bidirectionnel — directionnel comme entrée et I'acces de
sortie comme sortie.

NOTE - La formule utilisée dans cette méthode est valable & condition que les pertes associées aux
accords temporaires soient négligeables.
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b) Precautions shall be taken to ensure that cladding modes are not present at the
port of the branching device. Cladding modes shall be stripped either as a natural
function of the fibre length or by adding a cladding mode stripper.

c) Energize the source S and detector D and achieve stability.

d) Prepare the fibre tails of the branching device and the ends of the test fibre by
either cleaving or polishing to give ends which are smooth and substantially plane and
perpendicular to the fibre axis.

e) Connect the remaining end of the test fibre to the fibre termination T. The fibre tails
of the branching device and test fibre shall not be curved with a radius of less
than 200 mm to avoid the loss of cladding modes.

f) A
meas
devic

g) Cut the test fibre, prepare the ends and terminate them
accordance with the manufacturer’s instructions. Mate the gpeci
returned power P, (see set-up in figure 10).

e BD. Measur power P;.

Td

figure 11 and measure power P3.

Splice

&

O

Figure 11

i) Calculate the return loss R using the following equation:

P, - P,
R=-10log P— +10 log T2’3 (dB)
3

where T, . is the transter coefficient of the branching device from port 2 to port 3 using
the bidirectional-directional port as the input and the output port as the output.

NOTE - The formula used in this method is valid provided the losses associated with the temporary joint
can be neglected.
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a) Préparer le dispositif de mesure comme indiqué a la figure 12. La fibre avec le
spécimen en essai est connectée a I'OTDR. L’autre extrémité est terminée dans un
élément de réflexion standard Ry,.

OTDR

Epissure

5 L2

A
y
3

Y

puissance réfléchie connue,
figure 13, aR et apy repré

exemple de signal rétrodiffusé d’'une f|
figure 13.

O

A
A |

Figure 12

Si oT Réflexion standard (Ry)
( Réflexion de I'épissure -
essai
4R agy
0 4 I+l Distance (m)

CEl 460194

Figure 13 — Signal rétrodiffusé d’une fibre et signal réfléchi
par un élément de réflexion standard

t avec la
. Dans la

ndard. Un
avec une fibre en essai est donné 3 la
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Method 3

a) Configure the test set-up as shown in figure 12. The fibre with the specimen under
test is connected to the OTDR. The other end is terminated in a standard reflection

element RN.

Splice

OTDR E o

i1

A
y
3

L2

\ 4

A

Figure 12

b) The optical return loss RL is defined as follows:

RL = -10 log (reflected power/i

c) The return loss of the splice is determined b
undef test is shown in figure 13.

(dB) Reflection lice ]

ndex test

Yl

OTDR sign;l< Standard reflection (Ay)

apN

0SS,
rded
ction
fibre

—T

(=]

4 I1+I2

Distance (m)
IEC 460194

Figure 13 — Backscattered signal of a fibre and reflected signal

from a standard reflection element
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appropriée

M
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d) La puissance réfléchie RL (dB) du spécimen en essai peut étre calculée comme
suit:

10%2% _ 4

RL = RL, —10 log (dB)

10%2%N — 4

Dans le cas ol ap et agy sont supérieurs a 5 dB, on peut employer I'approximation
suivante:

10%2% _ 1
10log \—F%5— | =2(ag—agy) (dB)

10%23aN _ 1

e) En remplagant I'approximation d), la puissance réfléchie deyient:
RL = RLy - 2(ag — agy) (dB)
f) 1l convient de veiller a ce que 'OTDR soit employé dans

dire non saturé. Des atténuateurs a l'entrée et a Ia
nécessaires pour porter la puissance optique a un m

i %, c'est-a-
Lvent étre

écification

Sthode 1 et 2

— la stahilité/de
e

s/prescrites pour 'extracteur de mode;

de la fibre L1 et L2 (méthode 1 uniquement);

~Ma définition et les conditions prescrites pour le raccord temporaire,

— les techniques prescrites pour obtenir des mesures répétitives;

— les procédures applicables pour réduire fa puissance réfléchie par les détecteurs,
raccords temporaires, connecteurs, etc;

— la perte supplémentaire admissible due a I'épissure;
—~ la perte supplémentaire admissible due aux raccords temporaires;
— les exigences fonctionnelles;

— la puissance réfléchie admissible (peut étre indiquée comme supérieure a une va-
leur donnée),

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.
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d) The return loss RL (dB) of the specimen under test can be evaluated as follows:

10%28 — 4 4B

For those conditions where ap and ap, are >5 dB, the following approximation may be
used:

10%2% _ 1
10log | —5——] ~2(ag- ag,) (dB)

10%:23rN _ 1

e) Sllbstituting the approximation in d) the return loss becomes:
RL = RL\ —2(ag — agy) (dB)

f) The following precaution should be observed: Care shoquld
the O
outpul may be required to bring the optical power to an approg

4.4.5.5 | Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified

Methodsd 1 and 2

— sdurce S, including spectral or ¢ ource;
— lapinch fibre length;

— peaak wavelengthy
— sdurce stability;
- branching
— b i
- dd
- dd
- dd
- cl
- fi
— temporary joint definition and requirements;

— techniques required to ensure repeatable measurements;
— procedures to reduce reflected power from detectors, temporary joints, connectors,

— allowable added loss due to splice;

— allowable added loss due to temporary joints;

— performance requirements;

-~ allowable return loss (may be specified as being greater than a given value);

— deviations from the standard test procedure.
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Méthode 3

— les caractéristiques de 'OTDR (par exemple longueur d’onde);

— le type et la longueur de la fibre L;

— lalongueur minimale de L1 et la longueur maximale de L2;

— les détails sur I'unité d’excitation E (par exemple fibre injectée, atténuateur);
— les exigences particuliéres pour le coupage et clivage de la fibre; .

~ les caractéristiques de I'élément de réfiexion standard Ry ;

— la puissance réfléchie admissible (peut étre indiquée comme supérieure a une
valeur donnée).

4.E.6 Contréle de la modification de I'affaiblissement

44.6.1 But

Le

ré

4462

Cette procédure décrit deux méthodes dg : lissement.

L3 difications

M

Lg puissance optique condition-

ngment initial. 3 cédure de
ce optique

cgnditionnement
transmise nce dans
la|fibre de r

d4 X nefit du niveau de puissance final dans le spgcimen est
ol sdification mesurée de la fibre de référence de la modification
m

c

a

]

2 TJ P - ¢

Source —3 2 Détecteur "

multivoie multivoie |

a

n TJ Pn t

- e

u

POref r

Chambre d'essai

NOTE - La chambre d’essai est définie dans I'essai d'environnement.

Figure 14 — Dispositif de mesure (méthode de mesure de puissance optique)
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Method

3

~-79 -

—~ OTDR characteristics (for example, wavelength);

— type and length of fibre L;

—~ minimum length of L1 and maximum length of L2;

— details of the excitation unit E (for example, launching fibre, attenuator);
— any special requirements for fibre cutting and cleaving;

— characteristics of standard reflection element RN;

— allowable return loss (may be specified as greater than a given value).

4.4.6
4461

The pur
from an

4462

Method
method

Method

The pow

calculat
Changeli

cable, 3
specimg

Purpose

General description

Monitoring change in attenuation

environmental test (primary test).

ethe primary test conditioning be
onditioning process, and the chan
hrough a reference fibre is also monitg

proceq

psult

jure.

,| and

pins.
je is
red.

the

« measured change of the reference fibre from the
example of a test set-up is shown in figure 14.

P,
P
r
. Td P N [o]
Multi- —> 2 Multi- c
channel channel e
source detector s
TJ P S
<> o]
r
POref
Test chamber

NOTE - Test chamber is defined in the environmental test.

Figure 14 — Test set-up (optical power measurement method)
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Method 2: méthode par rétrodiffusion

Les pertes des épissures sont mesurées a des intervalles spécifiques par le dispositif de
mesure indiqué A la figure 15, qui comprend un réflectométre dans le domaine temporel
(OTDR), un dispositif d’injection et un dispositif de commutation ou dispositif de
connexion. Un exemple de dispositif d’essai est montré ci-aprés.

Fibre n°

1

11 12 1j

DTDR S E — 70 T

N/

nj

~“une source optique muitivoie peut étre nécessaire. On peut P'obtenir soit en
injectant la puissance d’'une source optique simple dans un diviseur de puissance, soit
en utilisant un certain nombre de sources optiques distinctes stabilisées ou tout autre
moyen répondant aux exigences de stabilité prescrites.

La source de puissance optique émettra sur des longueurs d’ondes appropriées pour
les fibres d’essai utilisées. Cette puissance doit pouvoir étre modulée ou démodulée
comme spécifié par la spécification appropriée.

Des diodes électroluminescentes (LED) ou des diodes lasers avec des bandes de
rayonnement adéquates sont des sources de puissance appropriées.

Tout diviseur de puissance optique utilisé dans la source muitivoie doit étre capable de
diviser la puissance en rapports constants, sans tenir compte des fluctuations de la
puissance injectée ou des influences extérieures. Les facteurs de séparation ne doivent
pas nécessairement étre égaux. On peut utiliser des coupleurs étoiles, des coupleurs a
deux voies disponibles sur le marché ou des dispositifs fabriqués a la demande.
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Method 2: backscatter method

Splice losses are measured at specified intervals, using the test set-up shown in figure 15
and consists of an optical time domain reflectometer (OTDR), launching device, and a
switching device or connector array. An example of a test set-up is shown below.

Fibre No.
11
E ...
11
2
OTDR S E
21
n
E
ni
Mmber
OTDR: Optical tigie degnaip ometer G
E: Excitation boit
S: Switch

- Splice j in fibre Q

ehyvironyental test.

NOTE

esy’set-up (OTDR method)

4463

Method

The app|

-~ almultiple channel power source may be required. |t may be achieved by dsing
either a single optical source launching power into a power divider, by using a number
of discrete stabilized optical sources, or by any other means which fulfils the prescribed
stability requirements.

The optical power source shall emit wavelengths suitable for the fibres used in the test.
The power shall be capable of being modulated or unmodulated as specified in the
relevant specification.

Light-emitting diodes (LED) or injection lasers with suitable radiation bands are con-
venient sources.

Any optical power divider used in the multichannel source shall be capable of dividing
the power in constant ratios regardless of input power fluctuations or external
influences. The splitting factors need not be equal. Commercially available star
couplers, two-channel couplers, or custom-made devices may be used.
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— Les détecteurs doivent avoir une surface active suffisante et étre placés suffisam-
ment prés de I'extrémité de la fibre au niveau du raccord temporaire pour détecter tous
les rayonnements émis par celui-ci. Chaque détecteur doit éire du méme type et
provenir du méme fabricant, et étre linéaire de moins de 3 % au-dessus de la plage de
puissance optique rencontrée, sauf indication contraire. Il n’est pas nécessaire gue
chacun des détecteurs soit accouplé dans la réponse de créte ou complétement
calibré, du moment que la linéarité peut étre assuree.

Pour les signaux non modulés, des diodes PIN photovoltaiques sont recommandées en
raison de leur linéarité et de leur faible courant d’obscurité. Ces derniéres doivent
fonctionner dans des composants électroniques parfaitement filtrés pour réduire le
bruit.

Pour les signaux modulés en basse fréquence (<1 MHz) des diodes PIN photo-
conductrices sont recommandées en raison de leur faible bfuit de, leur bonne
réponse en fréquence. Ces derniéres doivent fonctionne des)ycomposants
teshiniques de

— Les raccords temporaires TJ doivent étre stablé +0,05 dB

pendant toute la durée de I'essai/de la mesure, sau
Les connecteurs disponibles sur le marchg 2| moyen répondant aux

—~ Des filtres de modes peuvent étre is. i iller'a ce que les|modes de

at agdjonction de filtres delmode.

On effectuera un filtrage supplémentai 8 itisation du diviseur de puissance et
S e d’essai.

— Les résultats b e afialogiques ou numériques. L¢s disposi-
tifs d'affichage © i ’ t étre a enregistrements ou & rapports

multiples — ces i : S ppropriés. Les dispositifs conseillgs pour la
conversio res becteur en rapports comprennent les [voltmeétres
numériq@ 7 jcats ¥ blocage avec détecteur de rapport, les modules
diviseurs\de plificateurs de rapport ou les conyertisseurs

analogique Arign ' admettant une entrée de référence extérieure.

dont la longueur d'onde de créte, la largeur spectrale (fwhmy), la longueur
d'impulsion et la gamme dynamique sont définies dans la spécification appropriée;

— une unité d'excitation. Pour les fibres multimodes, la spécification appropriée
définira 'unité en termes de distribution de puissance de mode & sa sortie. Pour les
fibores monomodes, le dispositif d’injection sera un trongon de fibre assez long pour
éliminer {es modes d’ordre supérieur;

— un dispositif de connexion ou dispositif de commutation sera défini dans la spécifi-
cation appropriée en ce qui concerne la perte par insertion et la répétabilité;

— des troncons de fibre avant, entre et aprés les épissures, de longueur suffisante
pour permettre la résolution spatiale des épissures.
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— The detectors shall be of sufficient active area and placed sufficiently close to the
end of the fibre at the temporary joint to detect all radiation emitted from it. Each
detector shall be of the same manufacturer and model and shall be linear within 3 %
over the range of optical power to be encountered unless otherwise specified. The
individual detectors need not be matched in peak responsivity nor be calibrated
absolutely if linearity can be assured.

For unmodulated signals, photovoltaic PIN diodes are recommended because of their
linearity and low dark current. These should operate into well-filtered electronics to
minimize noise.

For low frequency (<1 MHz) modulated signals, photoconductive PIN diodes are
recompmended because of their fow noise and good frequency response. se should
operdte into tuned electronics to reduce noise. Synchronous deteclton t iques|may
be eMployed to achieve maximum signal-to-noise ratios.

— The temporary joints TJ shall be stable within 0,05 ~ A the
test/measurement, unless otherwise specified.

Cominercially available connectors or other mean requirenjents

may be used.

- ode filters may be required. Precautions ding
moddgs do not affect the measuremenys. dding hall e stripped either [as a
naturpl function of the fibre length ox by e filters;

Mod f er divider and beforg the
input|to the test specimen.

— processor instrumeptat e or digital. Read-out devices or
recorgding devices may Qplti wiid, the latter being more converjient.
Suggested devices [0 i i F or outputs to a ratio include digital|voit-

metefs or lock-in ampl ith\catta capability, voltage divider modules, ratio ampli-
fiers pr analoig al (A/L s with provision for an external reference input.

Method

The app

- a ose peak wavelength, spectral width (fwhm), pulse length,[ and
dynamie range are defined in the relevant specification;

— an excitation unit. For multimode fibres the relevant specification shall define the
unit in terms of the modal power distribution at its output. For single-mode fibres the
launching device shall consist of a piece of fibre long enough to eliminate the higher
order modes;

— a connector array or switching device shall be defined in the relevant specification
in terms of insertion loss and repeatability;

—~ lengths of fibre before, between and after the splices, sufficient to permit spatial
resolution of the splices.
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4.46.4 Procédure
Méthode 1

a) Installer la fibre de référence. Cette fibre doit étre identique a celle utilisée pour le
spécimen d'essai, et protégée de toute condition ambiante susceptible de modifier son
atténuation.

b) Installer les spécimens d’'essai. '

c) Stabiliser et enregistrer tous les niveaux de puissance. Au moment initial prescrit
par la spécification appropriée, enregistrer les niveaux de puissance pour la fibre de
référence et chaque spécimen. Ce niveau de puissance est désigné par P,.

d) Au moment prescrit par la spécification appropriée, relever les niveaux de
puissance pour la fibre de référence et chaque spécimen. Ce njveaunde puissance est
désigné par P,

e) Calculer la modification non corrigée de I'affaiblissem ;uit:

bur la fibre

G nt la modi-
eférence de la npodification

Mgthode 2

a) Aprés.s’
traces
montrée ¥lafti

ypique est

T i

] | 1 I ] I o
Distance (mc)
El 461194

Figure 16 — Trace de rétrodiffusion
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4.4.6.4 Procedure
Method 1

a) Install the reference fibre. The fibre shall be identical to that used with the test
specimen and shall be protected from any environmental conditioning that might
change its attenuation.

b) Install the test specimens.

c) Stabilize and record all power levels. At the initial time prescribed in the relevant
specification, record the power levels for each specimen and the reference fibre. This
power level is designated FP,.

d) At the prescribed time specified in the relevant specification, read the power levels
for edch test specimen and the reference fibre. This power level is des natbdi

e) Chlculate the uncorrected change in attenuation in dB as folig

The attenuation change shall be calculated for bnce

fibre.
f)y T
atten
change in dB of the specimen.

9 T
specification.

the
qtion

vant

Method R

a) After ensuring s i By 106 ing set-up, backscattering traces of alf the
fibreg shall b . Adypi aftering trace is shown in figure 16.

Backscattepad
opti

Logprj

| 1 | T | T T >
Distance (m)

1EC 461194

Figure 16 — Backscattering trace
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b) Ab est le désalignement, & la position de I'épissure, des deux lignes droites
d’interpolation des points des données avant et aprés I'épissure. Seuls les points des
données qui forment une partie essentiellement linéaire de la trace de rétrodiffusion
seront inclus dans la procédé d'interpolation.

c) Quand on commence I'essai, il faut enregistrer les valeurs de Ab,; (¢;). Au moment
t, prescrit dans la spécification appropriée, il faudra enregistrer les valeurs de Abnj (1)
La modification de la perte par insertion de I'épissure (nj) dans l'intervalle de temps
(t, - t,) sera calculée comme suit:

Aa, = Aby () = A (t;)

4.4.6.5 Détails a préciser

Lis détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés |dans spécification
appropriée.

Méthode 1

— la source modulée ou non modulée;

- la cohérence de la source;

la longueur d'onde de créte de la source

ations;

— les écarts
Méthode 2 é

</ Jes modification admissible de la perte.

4.4.7 Contréle de la puissance réfléchie
4471 But

Le but de cette procédure est de mesurer périodiquement la puissance réfléchie d'une
épissure pour déterminer comment cette caractéristique de I'épissure change avec le
temps. La puissance réfléchie d'une épissure, en particulier celle qui se fonde sur
I'alignement mécanique, peut changer dans le temps a cause d’influences externes telles
que contraintes thermiques, vibrations, humidité et contraintes mécaniques (par exemple
écrasement) ainsi que du vieillissement (résines époxydes de protection, oxydation, etc.).
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b) Abis the offset at the splice location of the two straight lines fitted to the data points
before and after the splice. Only data points which constitute a substantially linear part
of the backscattering trace shall be include in the fitting process.

c) At the beginning of the test the values of Ab_; (t,) shall be recorded. At time t,
prescribed in the relevant specification the values of Ab . (1,) shall be recorded. The
change in the insertion loss of splice (nj) over the time interval (f, — t;) shall be
calculated as:

Aay = Aby (ty) = Ab; (f)

4.4.6.5 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specificatio

Method |

— medulated or unmodulated source;
— cdherence of source;

— pgak wavelength of source;

— reference fibre specification;

— inftial time to read power levels;
— t

— in

1

— pgrformance require
— allowable chang

— dgviations fram ¢
Method £ i>

— ik

- m

— allowable change in loss.

4.4.7 Monitoring return loss
4471 Purpose

The purpose of this procedure is to measure periodically the return loss of a splice in
order to determine how this characteristic of the splice varies with time. The return loss of
a splice, particularly one based on mechanical alignment can change over time due to
external influences such as thermal stress, vibration, moisture and mechanical stress
(for example, crush) as well as through ageing (curing epoxies, oxidation, etc.).
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La modification de la puissance réfléchie peut étre graduelle dans le temps ou, dans
certains cas, épisodique.

4.4.7.2 Description générale

On décrit deux méthodes de controle de la puissance réflechie. Une méthode utilise un
dispositif de couplage et I'autre contréle la rétrodiffusion au moyen d’'un OTDR.

Méthode 1: dispositif de couplage

Comme dans la mesure individuelle de la puissance réfléchie (4.4.5), cette mesure
s effectue en comparant Ia punssance opt:que mcudente avant I’ éplssure avec la puissance

optique v min-inciden - DTe , la déter-
mipation de la puissance réfléchie est toutefois répétée périodique, ; esure est
fa

A [cause de la nature de la technique par rétrodiffdsio ectuée en

.7.3 Appareillage
appareillage comprend:

— une source optique S de prop i ongueur d’'onde, largeur|spectrale,
etc.) et un détecteur compatible D du détecteur D1 est contr6lge par un

— un disposi . ¢ de fonctionner sur la longueur d'qnde de la

source optique C » ants de transfert et le surplus de perte pour cette
,,‘Qn > .

de lier temporairement les fibres de mapiére non

armeffant I'extraction des modes de gaine de la fibre d'entrée, si

1 2

TJ TJ
S BD [ <—» “«——»— D |P

(R

- »
3 { 1

D1 I P

Figure 17
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The change in return loss can be gradual over time or, in some cases, episodic.

4.4.7.2 General description

Two methods of monitoring return loss are described. One method uses a branching

device and the other method monitors backscatter using an OTDR.

Method 1: branching device

As in the singular measurement of return loss (4.4.5) this measurement is made by
comparing the incident optical power before the splice with the reflected optical power

returned along the incident path. In this procedure, however, the deter
loss is rppeated periodically with the measurement facilitated by the u

acquisition.
Method|P: backscatter method — OTDR

Becausg of the nature of the backscatter technique, this te Qndlicte

test of 4.4.12 at the desired intervals of time.

4.47.3 | Apparatus

The apparatus consists of:

— ap optical source S of known characteristi
compgatible detector D. The output of the
ment

nat of _réturn
f uNdata

repeating the

vglength, spectral width, etc.) gnd a

o detector R1 i gated through monitoring equip-
be'made;

- a i E being’used at the wavelength of the optical

sourg i . 3 snts and excess loss at that wavelength;

4474

a) Qonfigure themeasurement set-up as shown in figure 17.

1 2

TJ TJ
<> < —— D

L1

3 o |

D1 | P

Figure 17
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Lorsqu’on installe le dispositif d’essai, il convient de prendre soin d’interconnecter tous
les composants et interfaces de fagon que la puissance réfléchie par ces interfaces soit
haute et stable. Toute barre non connectée du dispositif de couplage sera terminée de
fagon appropriée pour réduire au minimum I'effet d’injection sur la précision de mesure.

On utilisera des méthodes pour ramener la puissance réfléchie par le détecteur D et le
raccord temporaire TJ & un niveau acceptable, et ces méthodes seront indiquées dans
la spécification particuliére appropriée.

b) Mesurer le coefficient de transfert T2'3 du dispositif de couplage BD entre les
bornes 2 et 3, conformément & 17.1.1 de {a CEl 875-1. Pour ces mesures, la source S
sera identique a celle utilisée pour mesurer la puissance réfiéchie de I'épissure.

d) Retirer la longueur de fibre L1 du montage et la re ensemble
d’épissure a fibre amorce, comme indiqué a la figure 1 fibre L2,
’ensemble de I'épissure et les fibres associées doivent élge ass és confermément
aux instructions du fabricant. Il convient de faire partietliérement aftention alix instruc-
tions concernant le nettoyage, au choix et a r'utiligation de :
adaptateurs d’indice, gels, etc.

( Epi@re
TJ ( . Ji, 1

S BD <\ \) I

Contraintes\(thermiques,

choc, 8tc.)
L2 L
I\)\/ >
Figure 18

NOTE - La formule utilisée dans cette méthode est valabie & condition de pouvoir consifiérer comme
négligeables les pertes associées aux raccords temporaires.

g) La valeur de la puissance réfléchie servira comme base pour des calculs répétés de
la puissance réfléchie quand I'épissure est sollicitée.

Appliquer la(les) condition(s) de contrainte a I'ensemble de I'épissure, comme indiqué
dans la spécification particuliére.

Répéter la mesure de puissance Py, et recalculer la puissance réfléchie (voir formule
du point f)).

NOTE - La séquence de mesure peut étre facilitée par le contrdle du détecteur D1 au moyen d'un micro-
processeur (utiliser un voltmétre vectoriel ou un autre instrument & fonctionnement similaire), et par le
caleul et la manipulation par microprocesseur du calcul de la puissance réfiéchie.
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When setting up the arrangement, care should be taken to interconnect all fibre
components and interface so that the return loss from these interfaces is high and
stable. Any unconnected ports of the branching device shall be appropriately
terminated in order to minimize the in effect upon the measurement accuracy.

Procedures to reduce the reflected power from the detector D and the temporary
joint TJ to an acceptable level shall be used and specified in the relevant detail speci-
fication.

b) Measure the transfer coefficient T,, of the branching device BD between
terminals 2 and 3, in accordance with 17.1.1 of IEC 875-1. The source S for these
measurements shall be the same as that used to measure the splice return loss.

c) After ensunng the stablhty and repeatablllty of the measurement set-up, in

asser
assodiated fibres shall be assembled in accordance witR
instruptions. Particular attention should be given to the cleg
seleclion and use of any required index matching fluids, gels,

Splic

e) After ensur i temporary joints, record P1'.

fy C ing the following formula:

P’'~P
-10 log <——‘P—1> +10 log (T, 5) (dB)
0

NOTE | X\ THe formula used in this method is valid provided the losses associated with the temporary |oints
can be neglected.

g) The above value of return loss will serve as a baseline for repeated estimate of the
return loss when the splice is stressed.

Apply the stress condition(s) to the splice assembly as specified in the relevant detail
specification.

Repeat the measurement of power P,” and recalculate return loss (see formula in item
f) above).

NOTE - The measurement sequence can be facilitated by control of detector D1 by a microprocessor
{(use a vector voltmeter or other functionally similar control), and by microprocessor-controlled calculation
and manipulation of the return loss calculation.
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h) Selon la nature de la contrainte appliquée, les donnees peuvent étre traitées pour
déterminer une modification graduelle de la puissance réfléchie, ou examinées pour

détecter des modifications épisodiques dans la puissance réfléchie.

i) Pour vérifier que la stabilité du dispositif expérimental est restée dans des limites
acceptables pendant la période de mesure, on prend une autre valeur de base de la

puissance réfléchie, en répétant les opérations de a) a f).

4.4.7.5 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification:

— la source S, y compris largeur spectrale ou longueur de cohérence de la source;

— lalongueur de Ta fibre injeciée;
— les longueurs de fibre L1 et L2;

~ la longueur d'onde de créte;
— la stabilité de la source;

— le type et coefficient de transfert du dispositif dg
— la réponse spectrale du détecteur,;

— lalinéarité du détecteur;

la surface de détection du détecteur;

eord temporaire;
psures répétitives;

4.4. Nré6 imdlitané de la perte par insertion et de la puissance réfléchie

4.4.8.

Le but de cetie procedure st de mesurer simuitanément tant ta puissance Tefte

hie que la

perte par insertion, de fagon périodique, au moyen d’'un seul dispositif de mesure, pour
déterminer la modification dans le temps de ces caractéristiques de I'épissure. Ces para-
métres de I'épissure peuvent changer dans le temps a cause d'influences externes telles
que contraintes thermiques, vibrations, humidité, contraintes mécaniques (par exemple
écrasement) ainsi que du vieillissement (résines époxydes de protection, oxydation, etc.).
Ces modifications peuvent étre graduelles dans le temps ou bien, dans certains cas,

épisodiques.

4.48.2 Description générale

La perte par insertion et la puissance réfléchie peuvent étre contrélées simultanément en
utilisant soit un dispositif de couplage soit la technique par rétrodiffusion (OTDR).
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h) Depending upon the nature of the stress being applied the data can be processed
to determine a gradual change in return loss, or examined for episodic variations in the
return loss.

i) To ensure the stability of the experimental set-up has remained within acceptable
bounds during the measured period, another baseline value of return loss is taken by
repeating steps a) through f).

4,475 Details to be specified
The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

—~ source S, including spectral width or coherence length of source;

hniques required to ensure repeatable mea

ed pwe de

The purp 3 sl be e rety oss-and the
insertion loss in a periodic fashion with a single set-up in order to determine how these
characteristics of the splice may vary with time. These parameters of a splice can change
over time due to external influences such as thermal stress, vibration, moisture,
mechanical stress (for example, crush) as well as through ageing (curing epoxies,
oxidation, etc.). These changes can be gradual over time or, in some cases, episodic.

4.48.2 General description

Insertion loss and return loss may be monitored simultaneously by either using a
branching device or by the backscatter technique (OTDR).
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Méthode 1: dispositif de couplage

Cette mesure s’effectue en comparant la lumiére transmise dans I'épissure et la lumieére
réfléchie de I'épissure le long du chemin incident avec la puissance optique incidente sur
I'épissure et le long de la fibre. Le contréle est effectué au moyen de mesures répétées
aux intervalles choisis et est facilité par I'emploi de I'acquisition automatique des donn¢es.

Méthode 2: technique par rétrodiffusion

L’essai de perte par insertion au moyen de la technique par rétrodiffusion (OTDR)
de 4.4.4.4, méthode 2, peut étre combiné avec la procédure de contréle de la puissance
réfléchie par la technique de rétrodiffusion de 4.4.5.4, méthode 3, pour contréler simul-

tar

4.4

My

-
ar

ement les deux parametres.

}.8.3  Appareillage

bthode 1

ppareillage comprend:

— une source optique S de propriétés d’émission &onn

gngueur d’onde, largeur

jétecteurs

fagon a pouvoir enregistrer les
softie du détecteur 1 est une
a puissance a la sortie dul détecteur

I dispositif
nfirmer la

- A% ifice's BD capable de fonctionner a {a longueur

d'onde de la s b de perte
pour cetteNo
- un € lier temporairement les fibres de mapiére non
réfiéchissan
irce.
1 2
TJ Td
s BD > - D1
3 4
L1
I I »>| P,
D2 D3
P P

Figure 19
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Method 1: branching device

This measurement is made by comparing the light transmitted through the splice and that
reflected from the splice along the incident path with the optical power incident on the
splice and along the fibre. The monitoring is accomplished through repeated measure-
ments at the chosen intervals and facilitated by the use of automated data acquisition.

Method 2: backscatter technique

The test for insertion loss by the backscatter technique (OTDR), 4.4.4.4, method 2, can be
combined with the procedure for monitoring return loss by the backscatter technique,
4.4.5.4, method 3, to monitor both parameters simultaneously.

4.48.3 | Apparatus

Method |1

The apppgratus consist of:

— an optical source S of known characteristics ) and
com%tible detectors D1, D2, and D3. The output$ fra S pugh
monitoring equipment so that periodi ents he power can be recofded.
The qutput of detector D1 is a megsure ig I ed/through the splice.| The
output ¢ e lig the splice and retyrned
throu‘l% : is a monitor to confirm the
stabil iod;

- a F\eing used at the wavelength of the

optical source, and gtficients and excess loss at that wave-

length;
— almeans o@n

4.48.4
Method

a) Cpnfigure theheasurement as shown in figure 19.

1 2
TJ Td
S BD -+ <> D1
3 4
L1
! < > P,
D2 D3
P, Py

Figure 19


https://iecnorm.com/api/?name=2b40c98544c51e5e827268275dfc128a

- 96 - 1073-1 © CEI:1994

Lorsqu’on installe le dispositif d’essai, il convient de prendre soin d'interconnecter tous
les composants et interfaces des fibres de fagon que la puissance réfléchie par ces
interfaces soit haute et stable. On utilisera des méthodes pour ramener la puissance
réfléchie par les détecteurs D1 et D3 et les raccords temporaires TJ a un niveau
acceptable, et ces méthodes seront indiquées dans la spécification particuliere
appropriée:

b) Mesurer les coefficients de transfert T1,4 et T2'3 du dispositif de couplage BD
conformément & 17.1.1 de la CEI 875-1. Pour ces mesures, la source S sera identique
a celle utilisée dans le dispositif de contrble.

¢) Aprés avoir assuré la stabilité et la fidélité du montage d’essai conformément & la
spécification appropriée, enregistrer les niveaux de puissance P,, P, et P,.

bre L2 doit
étre comme indiqué dans la spécification particuliére. L'épisgure e ibred associées
doivent é&tre assemblées conformément aux instruction i On fera
particulierement attention aux instructions concerna
matériaux adaptateurs d’indice.

Pz’ et P3'

échie a I'aide de I’équation suivante:

. - (P, — P,) Py
Ruiddanse réféchie = =10 log { —————] +10log (7, 4) (dB
P, Py :

Cafculerla perte par insertion a I'aide de la formule suivante:

/

Perte par insertion (a,) = -10 log (—u) (dB)

P, Py

LA

NOTE - La formule utilisée dans cette méthode n’est valable & condition de pouvoir négliger les pertes
associées aux raccords temporaires.

g) Ces valeurs calculées sont utilisées comme base pour des calculs répétés de la
puissance réfléchie et de la perte par insertion quand I'épissure est sollicitée.

Appliquer ensuite la(les) condition(s) de contrainte & 'ensemble de I'épissure comme
spécifié dans la spécification particuliere appropriée.
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When setting up the measuring arrangement, care should be taken to interconnect all
fibre components and interfaces so that the return foss from these interfaces is high
and stable. Procedures to reduce the reflected power from the detectors D1 and D3
and the temporary joints TJ to an acceptable level shall be used and specified in the
relevant detail specification.

b) Measure the transfer coefficients T, , and T, 4 of the branching device BD in
accordance with 17.1.1 of IEC 875-1. The source S for these measurements shall be
the same as that used in the monitoring set-up.

c) After ensuring the stability and repeatability of the measurement set-up, in
accordance with the relevant specification, record power levels P1, P,, and Pg.

e) emporary joints, record P,’, P,” and P (ideally
unch .
f) @ g the following formula:
(P = Py) Py
<—_ﬁ—_ +10 log (T, 3} (dB)
Calclilatethe insertion loss using the following formuia:

oD

. I
Insertion loss (a;) = -10 log {—————] (dB)
P, Py

NOTE - The formula used in this method is valid provided that the losses associated with the temporary
joints can be neglected.

g) These calculated values serve as a baseline for repeated estimates of return loss
and insertion loss when the splice is stressed.

Now apply the stress condition(s) to the splice assembly as specified in the relevant
detail specification.
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h) Répéter les phases e), f) et g) périodiquement et ‘calculer de nouveau les valeurs
de la puissance réfléchie et de la perte par insertion.

i) Selon la nature de la contrainte appliquée, les données peuvent étre traitées pour
déterminer une modification graduelle de puissance réfléchie et de la perte par
insertion, ou examinées pour détecter des variations de la épisodiques de la
performance optique.

4.4.8.5 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

Mgthode 1
~ la source S, y compris la largeur spectrale ou la 1 r hérdnce de la
source;

— la longueur de la fibre injectée;
— les longueurs de fibre L1 et L2;

— la longueur d’'onde de créte;
— la stabilité de la source;

—~ la réponse spectrale du d
— la linéarité du détecteur;
— la surface de détection de

iétecteurs,

la durée.de chaque mesure de P’, P, et P3’;

toor-ororario—or

las détaile de la contrainte npplimm’p'
a g .

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.

4.49 Diaphonie ou diaphotie
449.1 But

Dans le cas d’épissures multivoies, le couplage entre la lumiére d’'une voie optique et une
autre peut se produire. Cette procédure donne la mesure des puissance de deux voies
optiques couplées transversalement vers I'avant et vers l'arriére lors de l'insertion d'une
épissure optique dans un cdble multifibres.
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h) Repeat steps e), f) and g) periodically and recalculate the values of return loss and
insertion loss.

i) Depending upon the nature of the environmental stress being applied, the data can
be processed to determine a gradual change in return and insertion loss or examined
for episodic variations in optical performance.

4.4.8.5 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

Method|1

— spurce S, including spectral width or coherence length of so ;

— lgunch fibre length;
— fipre lengths L1 and L2;

ppak wavelength;
— spurce stability;
— branching device type and transféx coeffisienty
— dptector spectral response;

d

d

c \

btector linearity;
btector active area;
adding mode stripper require

- 4 chnique@
~ pfocedures 3

strement of P1’, P2’ and P. ’

— dpration’of &< measurement of P1’, P2’ and P3’;

— details of stress applied:

— deviations from standard test procedure.

4.49 Crosstalk
4491  Purpose

In multipath splices, cross coupling of light between optical paths can occur. This proce-
dure gives a measurement of the backward and the forward coupled powers between two
optical paths due to the insertion of an optical splice in a multifibre cable.
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4.4.9.2 Description générale

Les figures 21 et 22 illustrent le principe de la méthode de mesure de la diaphonie. La
longueur de cable L est réduite de maniére a rendre négligeable I'affaiblissement de la
fibre.

o TJ Py Fibre 1 -
L |
A Por | | P A
Cable Fibre 2
< £ —5

Figure 21 — Cable sans épissure

o Epissure & Me 1
S |— -—» T

l X F
‘ ()
N A

D < (<[] : D
S

L2

QPN “

L3
le
dy

bsure dans
insmission

puissance optique injectée dans la fibre 1 avec épissure;

ance optique transmise vers I'avant de la fibre 2 avec épisqure;

Py suissance optique transmise vers l'arriére de la fibre 2 avec épigsure;
Pm: puissance optique admise sur la fibre 1 sans épissure;

Py puissance optique transmise vers I'avant de la fibre 2 sans épissure;
Pyt puissance transmise vers l'arriére de la fibre 2 sans épissure;

P/ Pyt rapport télédiaphonique d'un céble sans épissure;

Py1/Poq rapport paradiaphonique d'un cable sans épissure.

La télédiaphonie de I'épissure est donnée par I'équation suivante:

f
P, P

e P Py
Télédiaphonie = -10log {5 — —=— (dB)
01
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4.49.2 General description

Figures 21 and 22 illustrate the principle of the crosstalk measurement method. The cable
length L is made short to make the fibre attenuation negligible.

TJ Po Fibre 1
S — <—» I J—— T
P. [ P,
5 b1 r 1 b
Cable Fibre 2
- 1 |

Splice re\d

The met Ce in
the cab ack-
scatterir

Symbols

Py:

Py

Py

Pyy: optical input power in fibre 1 without a splice attached;

Py forward power output of fibre 2 without a splice attached;

Py backward power output of fibre 2 without a splice attached;

P/ Py forward crosstalk ratio of the cable without a splice attached;

Pb1/P01: backward crosstalk ratio of the cable without a splice attached.

The forward crosstalk of the splice is given by the following equation:

i P
Forward crosstalk = ~10log { — - — (dB)

PO PO 1
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La paradiaphonie de I’épissure est donnée par I'équation suivante:

Paradiaphonie = s - Pt
phonie = -10 log B P (dB)
0 01

NOTE -~ Lorsque la puissance optique couplée transversalement n'entre pas dans la limite de détection
du détecteur, on peut-dire que la diaphonie est inférieure a cette limite.

Une épissure a deux fibres est représentée aux figures 21 et 22. Dans ce cas, les
mesures doivent étre faites en utilisant alternativement les fibres 1 et 2 comme voie
excitée par la source (S) avant et aprés insertion de I'épissure.

Ddns le cas d'épissures asymétriques, les mesures doivent étre (effectu¢es. gn excitant
allernativement chaque fibre dans les deux directions.
D4ns le cas d'épissures de plus de deux voies, les voies ?iées dans

la|spécification appropriée.

4493 Appareillage
L’appareillage comprend:

— une source optique stabilisée S;
— un raccord temporaire TJ;

— une longueur de cable mulkifi
— une terminaison T;

aration et au contréle visuel des extrémités libres

Q

4494

bfes 1 et 2 comme indiqué dans la spécification appropriée.

d) ‘Baccorder S & I'une des extrémités de la fibre 1 au moyen de TJ, et racporder D a
'adtre extrémité. Dans la mesure du possible, régler TJ de fagon & optimiser la
puissance de sortie. Eviter de déplacer S et D pendant ia séquence de mesure.

e) Remplacer D par T a I'extrémité de la fibre 1.

f) Raccorder D & I'extrémité de la fibre 2, & proximité de S, puis mesurer P ,.

g) Raccorder D a I'extrémité opposée de la fibre 2 et mesurer P,.

h) Couper la fibre 1 & environ 200 mm de TJ et mesurer la puissance P, a 'aide de D.

i) Insérer I'épissure au milieu de la longueur L de cable en appliquant la procédure
d’instaliation fournie par le fabricant de I'épissure.

j) Répéter les opérations d) a h) pour mesurer P,, P, et P,

k) Calculer la télédiaphonie et la paradiaphonie entre les fibres 1 et 2 & l'aide des
formules données en 4.4.9.2.
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The backward crosstalk of the splice set is given by the following equation:

B} Po _ Pot
Backward crosstalk = -10 log P P (dB)
0 01

NOTE - When the cross-coupled optical power is under the detection limit of the detector, the crosstalk
can be stated as being below this limit.

A two-fibre splice is shown in figures 21 and 22. In this case the measurements shall be
made by alternately using fibre 1 and fibre 2 as the path excited by the source (S) before
and after insertion of the splice.

For spliges of asymmetric optical design, the measurements shall be made wi
alternatgly excited in both directions.

For spliges with more than two paths, the selection of the paths to
specified in the relevant specification.

4.49.3 | Apparatus

The apppratus consists of:
- stabilized optical source S;
- temporary joint TJ;

a
a
— aflength of multifibre cable;
atermination T;

a

detector unit D;

— the means nece control free ends of the fibres.

Proce@

4494
NOTE 2
a) E ize ' sufficiént time to achieve stability.
b) S { given in the relevant specification.
c) Pre [ e eNds by either cleaving or polishing to give surfaces which] are
smoath, suhst ane and perpendicular to the fibre axis.

d) Cpnpéct' S™to_gne end of fibre 1 with TJ and connect D to the opposite end of
fibre [Ix\When possible, adjust TJ to maximize the output power. Avoid disturbing § and
D throughout the measurement sequence.

e) Atthe end of fibre 1 replace D with T.

f) Connect D to the end of fibre 2 next to S and measure P ;.

g Connect D to the opposite end of fibre 2 and measure Fyy.

h) Cut fibre 1 approximately 200 mm from TJ and measure power P, using D.

i) Insert the splice in the middie of the length L of the cable applying the installation
procedure given by the splice manufacturer.

j) Repeat operations d) through h) to measure P, P and P.

k) Calculate the forward and backward crosstalk between fibres 1 and 2 using the
formulae given in 4.4.9.2.
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4.4.95 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

4410 Immunité a I'éclairement extérieur

4.

Le
lu

— le type, la longueur d'onde de créte, ia largeur spectrale et la stab
source S;

— le type et les propriétés du raccord temporaire TJ;

ilité de la

— le type, la réponse spectrale, la gamme dynamique et la surface de detection de

I'élément détecteur D;
— le type et la longueur L de céble;

ardorman

—1tatechnique-deraccordementT

— les exigences fonctionnelles;

~ la télédiaphonie admissible;

— la paradiaphonie admissible;

— les écarts par rapport a la procédure d'essai noyma

1.10.1  But

miére extérieure dans la fibre.

4,

but de cette procédure est de me immu ne épissure au coupiage de 1a

clairement
hser. Cette
clairement

UN10°3  Appareillage

L'appareillage comprend:

— une source de lumiére S;

— un modulateur C — utiliser un modulateur de signaux carrés de fréquence
939 Hz, ou toute autre fréquence qui ne soit pas un multiple intégral de
60 Hz;

— un atténuateur étalonné AT, réglable de 0 a 30 dB;
— une lentille;
— une sphére intégratrice IS;

313 Hz ou
50 Hz ou
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4,495 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

4410

4410

4410

This prg

.2 General deschiption

source S: type, peak wavelength, spectral width and stability;

temporary joint TJ: type and characteristics;
detector unit D: type, spectral response, dynamic range and detector area;

cable type and length L;

t eminationtaahniotoT -
tuuuauuu LAVASIRERLAS 1= AV N Bry

rformance requirements;

p
allowable backward crosstalk;
ajlowable forward crosstalk;

d

pviations from standard test procedure.

Ambient light coupling
1 Purpose
The putpose of the procedure is to “measure SUSCE by of a splice to coupling
ambient light into the fibre path.

Method ich’e istsvof illuminating the mated splice uniformly

all direg

Method ich consists of measuring the leakage of light fr
mated 3 excited by a laser source. This method presents a |
dynamiq range’but may not give as exact a value of the ambient
coupling

4.410.3 \“Apparatus

from

bm a
Arger
light

The apparatus consists of:

a light source S;

a chopper C — use a square-wave chopper at 313 Hz or 939 Hz, or any frequency
that is not an integral multiple of 50 Hz or 60 Hz;

a calibrated attenuator AT, adjustable from 0 to 30 dB;
a lens;
an integrating sphere IS;
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— une surface diffusante F;
— deux éléments détecteurs D;
- un amplificateur de blocage LA;

— une terminaison T;
— une longueur L de céble optique;
— les moyens nécessaires pour préparer et contréler visuellement les extrémités

libres des fibres.

4.4.10.4 Procédure

Méthode 1: émission externe de lumiére

La|
ins

méthode 1 consiste & mesurer la lumiére ambiante couplé t et aprés

ertion de I'épissure dans le cable.

c) Préparer les extrémités de la fibre du cg sant pour

obtenir des surfaces lisses, bien planes e

d) Régler la puissance de S
puis mesurer P et F,.

tion de D,

e) Insérer I’épissure dans le ¢
f) Si nécessaire, régler a nouve issa oit égal a
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an optical scattering plate F;

two detector units D:

a lock-in amplifier LA;

a termination T;

a length L of optical cable;

the means necessary to prepare and visually control the free ends of the fibres.

4410.4 Procedure

Method 1: external light source

Method |1 consists of measuring the ambient light coupled in the fi
insertion of the splice in the cable.

a) Clonfigure the test set-up as shown in figure 23.

b) Epergize S, C, D;, D, and LA for a sufficient time to achieve siabii
c) Prepare the fibre ends of the cable by either cleaving

d) After adjusting the power of S to have P;
P and P,
e) Insert the splice into the cable a

f)

and P,.

If| necessary, readjust the powe

after

[CES

sure

W
Ry
o
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Source
s
Modulateur
Wy

i B
VY

Sphére intégratrice Surface diffusante

NWWWWWY .
1S ~a F Elément Amplificateur
détecteur v de blocage
I~
F
L~ P,
- ' A
Tdrminaison :’o
Elément d
O détecteur
_ L
- CEl 462194
Figure 23 — Immunité
Pisposititd
Surface diffusante
Elément Amplificateur
détecteur le blocage
. Y
Epissure Dy
< T ~Ea— } {>——> LA
PC
N . :
Tgrminais P1
B Elément
_’\< 0 détecteur
L L/2 P L/2 _
D - CEl 463194

Figure 24 — Immunité a I'éclairement extérieur d'une épissure
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Source

X)s

* * ‘ c / Chopper

oy

. Optical scattering
Integrating sphere

plate
IS F VWWWW\ .
~a Detector Lock-in
unit amplifier
D Y
f
T / —_— A
y
Termination pr
Detector
ot | O\
L : \"
< é \ 1EC| 46294
Figure 23 — Ambient light co
Test set
Q Optical scattering
Integrati plate
Detector Lock-in
unit amplifidr
Y
<\ Dy
T =~ N X, ¥ D—————» LA
\ Pc
A
Terminatjon p1
. Detector
N Yo unit
- L2 P L2
- o o IEC 463194

Figure 24 — Ambient light coupling splice under test
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g) Dans le cas d’une épissure multivoies, répéter les mesures pour chacune des
voies, si prescrit par la spécification appropriée.

h) Calculer 'immunité & I’éclairement extérieur & I'aide de I'équation suivante:

P —Pf>
—5—] (dB)
0

Immunité & I'éclairement extérieur = -10 log < CP

~,

ou

P, est le niveau de la puissance optique injectée dans la sphére intégratrice avant
insertion de I'épissure;

P, estle niveau de la puissance optique injectée dans la sphére intégratrice apres

inecartinn

Ao}
HNTOLTLIVTIT UG UPIOOU'U,

P; estla lumiére ambiante couplée dans la fibre avant inserti

P, estia lumiére ambiante couplée dans la fibre aprés in
NOTE - Ce calcul suppose que P, soit égal a4 P,.

sthode 2: émission interne de lumiére

ne spheére

L

a fibre de
e mesure

procédure

issant pour

P
Immunité a I'éclairement extérieur = -10 log (PC> + X -X_. (dB

max. min.
Q 7

est le niveau d’éclairement produit par une demi-épissure;

ol

P

Xnax €St la valeur maximale de I'atténuateur;
Xqin ©st la valeur minimale de Patténuateur;
Pc

est le niveau d’éclairement produit par I'épissure accouplée.
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g) In the case of a multipath splice, repeat the measurements on each path if required

by the relevant specification.

h) Calculate the susceptibility to ambient light coupling using the following equation:

P~ - P,
Susceptibility to ambient light coupling = -10 log (—CF——J—> (dB)
0

where

P, is optical power level launched into the integrating sphere before insertion of
the splice;

P, is the optical power level launched into the integrating sphere after insertion of
the sptice;

P i3 the ambient light coupled in the fibre before insertion of the splise,;
P. ambient light coupled in the fibre after insertion of the splice

NOTE|- This calculation assumes that P, is equivalent to P,.

Method E: internal light source

Method P consists of making a comparison between the lg i ation produced in
an integrating sphere by the splice in 3 in a
mated cpndition. The splice fibre is the
measure the
source.

a) C

b) Epergize S, C, D and LA

c) Pjgtail the splice v he installation procedure given by the

splice manufagjﬁr.

d) Prepare th 2 8 e by either cleaving or polishing to give surfaces

whicli and perpendicular to the fibre axis.

e) S gtion X and measure P

X

f) A the splice as shown in figure 26.
g) S its@inimym attenuation X . and measure Pe.
h) Chlcutatethe suseseptibility to ambient light coupling using the following equatio

P

P
Sliseeptibility to ambient light coupling = -10 log (—C) + X o = X, (dB)

N V7

where

Py is the level of illumination produced by half a splice;

X ax 1S the maximum value of the attenuator;

X.in. 18 the minimum value of the attenuator;

P is the level of illumination produced by the mated splice.

Cc
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L2

Sphére intégratrice
Atténuateur 1S~
Source AT o Accés n® 2
S Accésn 1

D s S § o = g
Lentille /
c Modulateur
Amplificateur
de blocage
PO
LA |
CEI 464194
Figure 25 — Immunité a I'écld
Emission inte
Accés n® 2
////
. i’
Epissure T
Terminaison
Kmplificateur D
de blocage
PC
LA |
CEl[ 465194

Figure 26 — Immunité a I’éclairement extérieur d’'une épissure
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L/2

-

Integrating sphere

IS\
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Figure 25 — Ambient light coupling —internal light source
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Figure 26 — Ambient light coupling splice under test
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4.4105 Détails & préciser

Méthode 1

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

- le type, la longueur d’'onde de créte, la largeur spectrale et la puissance de la
source S;

— le type, la réponse spectrale et la gamme dynamique des éléments détecteurs DO et D;
— le type et ia longueur L de la fibre et du céble;

— 1 H H | [l aphara indlAarotyions 10,
TCO UTTNITTCTISTUTTIS UT TA opPTIiCcTo i ygiratiioc iy,

— laterminaison T;

— dans le cas d’une épissure multivoies, le nombre et la posi ies§ mesurer;

— les exigences fonctionnelles;
— l'immunité admissible;
— les écarts par rapport a la procédure d’essai nom

Méthode 2

Lejs détails suivants doivent, Bcification

appropriée:

— le type, la longueur d’onge de cr argeur spectrale et la puissance de la

source S;

— les types, la cteurs DO
mesurer;

4.

Le but de cette procédure est de mesurer l'atiénuation spectrale causee par une épissure
insérée dans un cable & fibres optiques.

L'atténuation spectrale est la perte dépendant de la longueur d'onde, exprimée en dB.
La perte d'atténuation d'une épissure de fibres optiques peut dépendre des facteurs
suivants:

— la discontinuité de 'indice optique;

— la largeur spectrale ou le degré de cohérence de la source lumineuse;

— la séparation et/ou le traitement de surfaces des faces des fibres ou des lentilles de
collimation.
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4.4.10.5 Details to be specified

Method 1

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

source S: type, peak wavelength, spectral width and power;

— detector units DO and D: types, spectral response and dynamic range;
— fibre and cable: type and length L;

- integrating sphere (IS): dimensions;

— tgrmination T;

— fqr a multipath splice, number and position of the paths to be sured;

— performance requirements;
— allowable susceptibility;
— dpviations from standard test procedure.

Method|2

The follpwing details, as applicable, sh4 ad’in th@levat specification:

idth and power;

-~ spurce S units: type, peak wavejength, spect

— dptector units DO afid DX ponse and dynamic range;

— fipre and cable:
- integrating sphere

— termination

4.4.11

4.411.14 , Rurpose

The purpose of this procedure 15 10 measure the spectrat toss caused by a spticewhen it
is inserted into a fibre optic cable.

Spectral loss is the loss which is wavelength dependent, and it is expressed in decibels.
The spectral loss of a fibre optic splice can be due to the following factors:

—~ optical index discontinuity;
— spectral width or degree of coherence of the light source;
— end separation and/or surface finish of fibre faces or collimating lenses.
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4.4.11.2  Description générale

L’atténuation spectrale d’une fibre continue est comparée a celle de la méme fibre aprés
insertion d’'une épissure.

4.411.3 Appareillage
L'appareillage comprend:

— une source lumineuse S;
— un monochromateur MC;
— un fractionneur de faisceau BS; .

— un élément d’excitation E;
— deux détecteurs D;
— un amplificateur de blocage LA;
— un modulateur C. Utiliser un modulateur de signg e 313 Hz
ou 939 Hz, ou toute autre fréquence qui ne soi de 50 Hz
ou 60 Hz.
44.11.4  Procédure
< 7] D
L B
D Amplificateur
m de blocage
| i 2
LA |
CEl 466/)4
igure 27 — Dispositif de mesure de I'atténuation spectrale

b) Mettre le dispositif de mesure sous tension et attendre qu’il se stabilise.

c) Préparer les extrémités de la fibre de la longueur de céble L en les clivant ou en les
polissant pour obtenir des surfaces lisses, bien planes et perpendiculaires a I'axe de la
fibre.

d) Positionner correctement la fibre et la fixer a la source S, au monochromateur MC
et au détecteur D.

e) Positionner la fractionneur de faisceau BS entre le monochromateur MC et
I'élément d’excitation E.

f) Adapter le détecteur de contréle Dm sur le fractionneur de faisceau BS.


https://iecnorm.com/api/?name=2b40c98544c51e5e827268275dfc128a

1073-1 © IEC:1994 -117 -

4.4.11.2

General description

The spectral loss of an uncut fibre is compared with the spectral loss of the same fibre
after a splice is inserted.

4.411.3

Apparatus

The apparatus consists of:

— alight source S;

— a monochromator MC;

— abeam splitter BS;

— ah excitation unit E;

- v
- a

- a

o detectors D;
lock-in amplifier LA;
chopper C. Use a square-wave chopper at 313 Hz o

that is not an integral multiple of 50 Hz or 60 Hz.

4.4.11.4

a)- Configure the measurement set‘upas sho

s <::':>— _<>:: mc <27

CQ%MP

Procedure

ncn fig

N

Figure 27 — Spectral loss set-up

RZs or any frequency
D
L
Lock-in
amplifier
LA =
IEC 4661)4

b) Energize the measurement set-up for a sufficient time to achieve stability.

c) Prepare the fibre ends of the cable length L by either cleaving or polishing to give
surfaces which are smooth, substantially plane and perpendicular to the fibre axis.

d) Appropriately position and fix the fibre to the source S, the monochromator MC and

the d

etector D.

e) Position the beam splitter BS between the monochromator MC and the excitation
unit E.

f) Fix the monitoring detector Dm with respect to the beam splitter BS.
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g) Régler la largeur de raie spectrale du monochromateur MC comme spécifié dans la
spécification appropriée.

h) Vérifier la stabilité, mesurer et enregistrer les puissances P, et P, tout en faisant
varier le monochromateur dans la plage de fréquences donnée par la spécification
appropriée.

i) Insérer I'épissure dans le céble a une distance L1 de I'élément d’excitation, comme
indiqué a la figure 28.

j) Répéter les opérations g) a h) pour mesurer Py, P’ et A.

S

propriée:

BS Epissure
s (TN 0
ViV VTNV ,
2
1 ! .
! o
I 1
i
c <>
\‘II
lificateur
Dm /\ b ge
L > Py
| AN/ S o
U CEl 467194
Figure 28 — nuatiorkspeectrale d’'une épissure
k) Calculer I'atté

déta jvants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification

LD
-

é

$1
1

Ihea ~t Aoy ~ASIA -
Totre—T=C o

testypesettestongueurs Lt +2-deda w-eables

le type, la longueur d’onde de créte, la largeur spectrale, la stabilité de la source S;
'élément d'excitation E et la descr’iption des conditions d’injection;

les gammes des longueurs d’'ondes de mesure; |

le type, la réponse spectrale, la plage dynamique, la zone de détection des
1éments détecteurs D et Dm;

les exigences fonctionnelles;
Patténuation spectrale admissibie;
les écarts par rapport & la procédure d’essai normalisée.
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g) Set the spectral line width of the monochromator MC as specified in the relevant
specification.

h) Ensure stability, measure and record powers P, and Py, while varying the mono-
chromator through the frequency range given in the relevant specification.

i} Insert the splice into the cable at a distance L1 from the excitation unit as shown in
figure 28.

j) Repeat steps g) through h) to measure Py, P "and A.

s kI° D
IEC 467194
k) C
4.411.%
The foll
— flbreandcabtetypeandtength 12

— source S: type, peak wavelength, speciral width, stability;

— excitation unit E and launch condition description;

- measurement wavelength range;

— detector units D and Dm: type, spectral response, dynamic range, detector area;

— performance requirements;
— allowable spectral loss;
— deviations from standard test procedure.
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4.5 Essais d’environnement

Tableau 3 - Liste des procédures d’essais d’environnement

Procédure Paragraphe

Vibrations 4.51
Résistance a la traction de 'épissure de fibre 452
Efficacité de Ia rétention contre les efforts de traction sur la fibre ou le cable 453
Secousses 454
Chocs 455
Résistance a la compression 456
Compression axiale 457
Impact 458
Accétération 459
Moisissures 4.5
Froid

Chaleur séche
Chaleur humide (essai continu)

Séquence climatique

Condensation

Variations rapides de température
Atmosphére corrosive (brouillard salin)
Poussiére

Atmosphére industrielle (anhydride sulfureux
Basse pression atmosphérique
Rayonnement solaire
Rayonnement nucléaire
Endurance mécanique
Résistance a haute température
Résistance aux solvants et aux fluide
Etanchéité
Perméabilité a la

@@

OO Or U0

™

bandes et grandeurs de fréquences susceptibles d’étre rencontrées lors de I'util

le

<

mens, aux
sation sur
in ne sont

pas de type harmonique simple. Cependant, les essais basés sur ce type de vibrations se
sont révélées satisfaisantes pour simuler une utilisation réelle.

L’essai est applicable:

aux épissures fixées a la fibre;

aux épissures fixées a la fibre placée dans 'agencement;

aux épissures fixées a la fibre placée dans I'agencement et protégée par un boitier.
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4.5 Environmental tests

Table 3 - List of environmental test procedures

Procedure Subclause
Vibration 4.5.1
Tensile strength of fibre splice 452
Effectiveness of the clamping device against fibre or cable pulling 453
Bump 454
Shock 4.5.5
Crush resistance 456
Axial compression 457
Impact 458

Splar radiation

Sealing

Chble bending

ble torsion

(2K e)

ustrial atmosphere (sulphur dioxide)
Low air pressure

Nuclear radiation

chanical endurance

Hjgh temperature endurance

Rpsistance to solvents and contaminating

O X
373
S g
g2
o H
23
3o
o]
%9..
g&'
3
°3
—_
m-\
o 8
=g
3
=S
=

ater vapour permeatio
Flammability (fire haza«d)

Apsembly and disagsembly ef closyre

baling endutance foy closures

—da-—L 0

451

This pro

4511

The purpose of th

accordance with {EC 68-2-6, test Fc.

procedure is to evaluate the effects of vibration on specimens a

predomipant frequency ranges and magnitudes that may be encountered during no

the
rmal

service. Most vibration encountersd i normar service 1s ot of @ simpteharmonicna
However, tests based on vibrations of this type have proved satisfactory to simulate actual

field service.

The test is applicable to:

— splices attached to fibre;

— splices attached to fibre positioned in an organizer;
— splices attached to fibre positioned in an organizer and protected by a closure.

ure.
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4.5.1.2 Description générale

On monte le spécimen sur un générateur de vibrations et on le soumet aux vibrations par
déplacement sinusoidal. Le spécimen est soumis a des vibrations selon trois directions
orthogonales, dont I'une est parallele a I'axe optique. L'amplitude des vibrations est
exprimée en termes de déplacement constant et/ou d’accélération constante. L'ensemble
de ces méthodes combinées ont permis d’établir les différentes procédures de I'essai Fc

de la CEl 68-2-6.

4513 Appareillage

L’appareillage comprend:

— un génerateur de vibrations;
— des éléments appropriés de fixation du spécimen.

Lel matériel doit étre conforme aux prescriptions de I'essai Fc ©

451.4 Procédure

Agpliquer la procédure indiquée dans la CEl 68-2<6 S ~Le spécimen doit étre
sormis aux vibrations selon trois axes o un sera l'axe optique.
L'épreuve de vibration doit étre exécutée pa xiréquences fixes.

4515 Seévérité

La Aqus amplitude des vibrations et 14 durée de
I'é quée dans la spécification particuliére.

Le n'étre spécifiées pour cette procédure.

Amplitude des vibrations

Déplacement constant de 0,75 mm
(jusqu’a 60 Hz)

Accéiération constante de 98 m/s?
(au-dessus de 60 Hz)

urée de I'épreuve 10 min dans chaque direction spécifiée
r axe 30 min dans chaque direction spécifiée

4516 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

— la bande de fréquences;

— l'amplitude des vibrations;

— la durée de I'épreuve par axe;

— le spécimen optiquement actif ou passif;
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4.5.1.2 General description

A specimen is mounted on a vibration generator and vibrated with a sinusoidal motion.
The specimen is exposed to vibration in three mutually perpendicular directions, one of
which is parallel to the optical axis. The vibration amplitude is specified in terms of
constant displacement and/or constant acceleration. Various methods are combined to
form different procedures in IEC 68-2-6, test Fc.

4513 Apparatus

The apparatus consists of:

The appfratus shall be in accordance with IEC 68-2-6, test Fc.

45.1.4 | Procedure

Conduct
vibrated
vibration

4515

The sev
and end

The follg

a ibration generator;

syitable specimen-mounting fixtures.

Lide,

Vibration amplitude

0,75 mm constant displacement
(up to 60 Hz)

98 m/s2 constant acceleration
{above 60 Hz)

durange duration 10 min in each specified direction
per axi 30 min in each specified direction

4.5.1.6 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

frequency range;
vibration amplitude;
endurance duration per axis;

specimen optically functioning or non-functioning;
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— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

- les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;

— les mesures en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;
—~ les mesures finales et les exigences fonctionnelles;

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.

4.5.2 Résistance a la traction de I'épissure de fibre

4521 But

le long de

Une charge de traction est appliquée aux deux fibres d’ i g
i Iu’a ce que

-

bn atteigne la charge maximale spécifiée.

415.2.3  Appareillage

—

appareillage comprend:

progressivement leis charges

liquer la ou les charges a la fibre;

gr etenregistrer la charge maximale appliquée.

LN

ibre & la partie fixe du dispositif et I'autre |a la partie

e que l'on

int la force

4

La sévérité est représentée par la valeur de la charge. Elle doit étre indiquée dans la
spécification particuliére.

4.5.2.6 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

— la valeur maximale et la direction de la(des) charge(s);

— la vitesse(s) d’application de la(des) charge(s),

— le point d’application de la(des) charge(s);
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— preconditioning procedure

— recovery procedure;

~ initial measurement and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
— final measurements and performance requirements;

— deviations from standard test procedure.

4.5.2 Tensile strength of fibre splice

4521 Purpose

The purpose of this procedure IS {0 determing
or whether the tensile strength exceeds a stated value.

45.2.2 | General description

A tensile load is applied to the two fibres of an assembled he axs of the
splice. The load is applied until the fibre breaks or until - aximum lopd is
reached.

4.5.2.3| Apparatus
The appgaratus consists of:

- a

|
o

nd to

ad is

4525 (Severity

The severity is determined by the magnitude of the load. The severity shall be specified in
the detait specification.

4.5.2.6 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

— maximum value and direction of the load(s);
— rate(s) of application of the load(s);
— point of application of the load(s);
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4.

L¢ but de cette procédure est de vérifier que le dispositif
fibre ou du céable sur le spécimen supportera les chargé
appliquées dans des conditions normales de fonction

4.
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— le spécimen optiquement actif ou passif;

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;

— les mesures en cours d’essai et ies exigences fonctionnelles;
— les mesures finales et les exigences fonctionnelles;

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée;

— la méthode de présentation des données (pour les épissures par fusion essayées
jusqu’a défaillance, la loi de Weibull est appropriée).

5.3 Efficacité de la rétention contre les efforts de traction sur Ia fibre ey le c&ble

p.3.1  But

ixption de la
s de t ibles d’étre

ent.

5.3.2  Description générale

Le spécimen est fixé de maniére rigide et ble.
4.5.3.3 Appareillage
L'gppareillage comprend:

de traction
4.

écification

4.

p.3:5  Sévérité

La sévérité est représentée par I'amplitude de la charge de traction. Elle doit étre indiquée
dans la spécification particuliére.

4.5.3.6 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

— lamplitude et la vitesse d’application de la charge de traction;
— le point d’application de la charge de traction;

— le spécimen optiquement actif ou passif;

— la procédure de préconditionnement;
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— specimen optically functioning or non-functioning;

— preconditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurement and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
-~ final measurements and performance requirements;

— deviations;

— method of presenting data (for fusion splices tested to failure a Weibuli distribution
may be appropriate).

4.5.3 Effectiveness of the clamping device against fibre or cable puliing

4531 | Purpose

%ibre
rmal

The purpose of this procedure is to ensure that the captivation
or cable| to the specimen will withstand the tensile loads likely
service.

4.5.3.2 | General description

The specimen is rigidly clamped and a tensile o

4.53.3 | Apparatus
The apparatus consists of:

— a|force generator ified

rate;

peci-

4.5.3.5 | \Severity

The severity is determined by the magnitude of the tensile load. The severity shall be
specified in the detail specification.

4.5.3.6 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

— magnitude and rate of application of the tensile load;
— point of application of the tensile load;
— specimen optically functioning or non-functioning;

-~ preconditioning procedure;
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— la procédure de reprise;

— les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;

— les mesures en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;
— les mesures finales et les exigences fonctionnelles;

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.

454 Secousses

Cette procédure est appliquée conformément & I'essai Eb de la CEl 68-2-29.

4541 But

Le but de cette procédure est de mettre en évidence les do gradations
czusés aux spécimens lorsqu’ils sont soumis a des secousse ) procédure
peut également étre employée pour évaluer leur intégrité de cette
procédure est de simuler, sur le spécimen, des effets s sultant de
secousses répétées susceptibles d’étre rencontrées par le IS|UrE jtiers dans

des conditions normales de fonctionnement.

45.4.2 Description générale

Ld spécimen est fixé a la table d’un simul dé sefausses et soumis a des jmpulsions
semi-sinusoidales répétées.

4.5.4.3 Appareillage
L’appareillage comprg

| 68-2-29;
| 68-2-29.

Lgs &évérités préférentielles suivantes peuvent étre spécifiées pour cette procécfure:

Valeurs préférentielles pour les épissures

Nombre de secousses 4 000 = 10
Accélération de créte 390 m/s2 (40 g)
Durée d'impulsion 6 ms

Valeurs préférentielles pour les boitiers

Nombre de secousses 1 000 £ 10
Accélération de créte 97 m/s2 (10 g)
Durée d'impulsion 6 ms
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— recovery procedure;

— initial measurement and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
— final measurements and performance requirements;

— deviations from standard test procedure.

454 Bump

This procedure is conducted in accordance with IEC 68-2-29, test Eb.

4541 Purpose

The puj)ose of this procedure is to reveal the accumulated damage.gr deg n in
specimgns for applications in which they are subjected to repetitive s
used to| assess their structural integrity. This procedure is inte Ys of

simulatipg, in the specimen, effects similar to those resulting fro epeti f fkely
to be encountered by splices and closures in service.

4.5.4.2 | General description

The spgcimen is fastened to the table of a b bjected to repdated

half-sing pulses.

4543 | Apparatus
The applaratus consists of:

— a|bump tester in accardan

— a|fixing means i

4.5.4.4 Proce@

Conduct the proced

The follpwing-preferréd severities may be specified for this procedure:

Preferred values for splices

Number of bumps 4 000 = 10
Peak acceleration 390 m/s2 (40 g)
Pulse duration : 6 ms

Preferred values for closures

Number of bumps 1 000 = 10
Peak acceleration 97 m/s2 {10 g)
Pulse duration 6 ms
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45.4.6 Détails a préciser

Les détails suivants, le cas échéant, doivent étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

— les détails de montage;

— le nombre de secousses;

— laccélération de créte;

—~ la durée d’impulsion;

— le spécimen optiquement actif ou passif;

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;
— les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;
— les mesures en cours d’essai et les exigences fonctionn

46.5 Chocs

Cette procédure est appliquée con

4651 But

L¢ but de cette proceure est de\meti s et/ou les

d im I répétitifs.
: 3 sceptibles

de se produire dans i ~ S i ransport.

4,

Le spécimer 8, 2 ' i is 2 imgulsions de

ateur de chocs conforme aux prescriptions de {'essai Ea de la CEl 68-2-27;

uR-dispositif de fixation conforme aux praehripfinnc de l'essai Fa de 1la CH| 68-2-27.

4554 Procédure

Appliquer la procédure conformément & I'essai Ea de la CEl 68-2.27. L'impulsion doit étre
semi-sinusoidale.

4555 Sévérite

La sévérité est déterminée par la combinaison de I'accélération de créte et l[e nombre de
chocs. Elle doit étre indiquée dans la spécification particuliére.
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4.5.4.6 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

— details of mounting;

— number of bumps;

— peak acceleration;

— pulse duration;

— specimen optically functioning or non-functioning;

— preconditioning procedure;

— rgcovery procedure;

— inftial measurement and performance requirements;

- asurements during test and performance requirements;
— fipal measurements and performance requirements;

— deviations from standard test procedure.

455 $hock

This protedure is conducted in accorda

4551 | Purpose

The pur,
specim
non-rep

4552

It simulates infreq

al service or during transportatig

The spe a shock-testing machine and is subjected to

sine sho

4553

The app|

— alshock'teste accordance with IEC 68-2-27, test Ea;

eakness and/or degradatign of

Luent
n.

half-

- a ; -

45.5.4 Procedure

Conduct the procedure in accordance with |EC 68-2-27, test Ea. The pulse shape shali be

half-sine.

4555 Severity

The severity is determined by the combination of peak acceleration and number of shocks.

The severity shall be specified in the detail specification.
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Les sévérités préférentielles suivantes peuvent étre spécifiées pour cette procédure.

Accélération de créte Nombre de chocs
294 m/s2 Durée d’impulsion: 18 ms
490 m/s? Durée d’'impuision: 11 ms 8
981 m/s2 Durée d'impulsion: 6 ms
4 900 m/s? Durée d'impulsion: 1 ms

4.55.6 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification

T
parucunere:

— laccélération de créte;
— le nombre de chocs;

— le spécimen optiquement actif ou passif;
— la procédure de préconditionnement;

—~ la procédure de réprise;

— les mesures en cours d’'ess elles;

4.
4561 But

Lg but de cette ! r les effets susceptibles de se produire (quand les
spécimen '

telles que

Appafeillage

L’appareillage comprend:
— un plateau ou un récipient peu profond capable de recevoir un échantillon de
surface représentative d’'un sol ou d'un plancher;
— un patin en matériau rigide ou souple, collé a une plaque non élastique;

— un générateur de couple.

456.4 Procédure

a) Placer le spécimen au centre de la surface d’essai contenue dans le récipient peu
profond.

b) Appliquer progressivement la chérge spécifiée.
c) Maintenir la charge pendant la durée prescrite.
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The following preferred severities may be specified for this procedure.

Peak acceleration

Number of shocks

294 m/s? (18 ms pulse duration)
490 m/s? (11 ms pulse duration) 8
981 m/s? (6 ms pulse duration)

4 900 m/s? (1 ms pulse duration)

4.55.6 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the detail specification:

pak acceleration;
Limber of shocks;

reconditioning procedure;
-~ rgcovery procedure;

-~ fipal measurements and perform

— dpviations from standard test progce
4.5.6 [rush resistance

4.5.6.1 | Purpose

The purpose of thj
are exppsed to

This may occur w
stepped

4562

The spdci

4.5.6.3 | Apparatu

p
n

— specimen optically functioning or non-functioning;
p

The apparatus consists of:

— a shallow box or tray capable of housing a section of a representative ground or

floor surface;

— apad of resilient or rigid material, bonded to a non-yielding plate;

— aforce generator.

4.56.4 Procedure

a) Place the specimen centrally on the test surface contained in the shallow box.

b) Smoothly apply the specified load.

¢) Maintain the load for the specified duration.
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45.6.5 Sévérité

La sévérité comprend la charge et la durée d’'application. Elle doit étre indiquée dans la
spécification particuliére.

Les sévérités préférentielles suivantes peuvent étre spécifiées pour cette proceédure:

Charge Durée
N S
50 1
100 5
500 10
1.000 60
2000
5000

4.5.6.6 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant,
appropriée:

— la surface représentative du sol ou du plang
— le matériau du patin;

— la charge;

4574 But

Le but de cette procédure est de vérifier que la rétention ou la fixation du cable au
spécimen supportera les charges de compression susceptibles d’étre appliquées dans des
conditions normales de fonctionnement.

4.5.7.2 Description générale

Le spécimen est fixé de maniére rigide et une charge axiale de compression est appliquée
sur le cable.
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456.5 Severity

The severity is determined by the combination of the load and the duration. The severity
shall be specified in the detail specification. ‘

The following preferred severities may be specified for this procedure:

Load Duration
N s
50 1
100 5
500 10
1000 60
2000
5000

4.5.6.6| Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in tf

— fepresentative ground or floor surface;
— pad material;

— lpad;

— duration of load;

— gpecimen orientation;

— preconditioning| procedure;

- covery@e
— ipitial mea q

easuremen

I (

457

4571 Purpose

The purpose of this procedure is to ensure that the captivation or the attachment of the
cable to the specimen will withstand compressive loads likely to be applied during normal
service.

4.57.2 General description

The specimen is rigidly clamped and an axial compressive load is applied to the cable.
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45.7.3 Appareillage

L'appareillage comprend:

- un générateur de forces capable d’appliquer progressivement la force de compres-

sion A la vitesse spécifiée;
— un dispositif de rétention approprié pour le cable;
— un dispositif de rétention fixe pour I'’épissure ou le boitier.

4574 Procédure

a) Fixer solidement le spécimen au dispositif de rétention.

p.7.5  Sévérité

d sévérité est représentée par I'amplitude de“la fo

b) Fixer le cable au point d’application spécifié.

c) Appliquer progressivement la charge axiale de compressioq au cable-

d) Maintenir la charge pendant 2 min au minimum.

compression
re indiquée dans la spécification particuliére

s sévérités préférentielles sui@w\eu emt étr s;@if" 5 pour cette procéd
. N W\
[N
N

0
200

ent, le cas échéant, étre spécifiés dans la s

Y
T

A1 Y E)

— le spécimen optiquement actif ou passif;

—~ la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;

— les mesures en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;
— les mesures finales et les exigences fonctionnelles;

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.

. Elle doit

ure.

écification
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4.5.7.3 Apparatus
The apparatus consists of:

— a force generator capable of smoothly applying the compressive force at
specified rate;
—~ a suitable clamping device for the cable;

— afixed clamping device for the splice or closure.

45.7.4 Procedure
a) Securely fix the specimen to the fixed clamping device.

b) Clamp the cable at the specified point of application.
¢) Smoothly apply the axial compressive load to the cable.

d) Maintain the load for 2 min minimum.

4575 | Severity

The sevrity is determined by the magnitude of the akial co orce. The seV
shall be|specified in the detail specification.

The follgwing preferred severities ma@ifi d for this

4576

— the maghitude f the load;

— ppintof applicdtion of the load;

— rateotHoadapptication:

— specimen optically functioning or non-functioning;

— preconditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
— final measurements and performance requirements;

— deviations from standard test procedure.

the

erity
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4.5.8 Impact

4581 But

1073-1 © CEI:1994

Le but de cette procédure est d'évaluer I'aptitude d'une épissure ou d’un boitier & résister
a un impact localisé ou a une série d'impacts provenant d’objets durs.

4.5.8.2 Description générale

On laisse tomber un marteau a face semi-circulaire sur le spécimen placé sur une

enclume.

415.8.3 Appareillage
L'appareillage comprend:

—~ une enclume de dureté spécifiée;
Rockwell Rb 90;

{La figure 29 représente un exemple d
au marteau par une corde et une pouki

415.8.4
a) Placer le spécimen sur I'e

Procédure

— un marteau pilon de masse réglable aveoc

— - un appareil permettant de lever le (marte

irculaire

le laisser

de dureté

retomber.
velle reliée

WU
1%

le nombre
pécification
dure.
Rayon dUwfarteau Masse du marteau Nombre Hauteur de|chute
mm g d'impacts du martgau
5 50 1 mm
10 100 5 150
20 250 10
30 500
40 1000
2 000
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4.5.8 Impact
458.1 Purpose

The purpose of this procedure is to evaluate the ability of a splice or a closure to with-
stand a localized impact or a series of impacts with hard objects.

4.5.8.2 General description

A hammer with a semi-cylindrical face is dropped on the specimen which is placed on an
anvil.

4.5.8.3 | Apparatus

The appgratus consists of:

— an anvil of specified hardness;

— a|drop hammer of adjustable mass with a sem indrica of Rockwell
Rb 94 hardness;

— an apparatus to raise and drop the hammer. (A plevis wn in fi 29. It
consipts of a driven crank coupled to the ham e ‘

45.8.4 | Procedure
a) Place the specimen ¢
b) Adjust the hammer I
¢) Rhpise and drop the\ha

9,

4.5.8.5 | Severity
The sev ved by the nbination of the radius of the hammer face, the mass
of the h impacts, and the hammer drop height. The severity shgll be
specifie i i
The follg everities may be specified for this procedure.
Hpammerradius Hammer mass Number of Hammer drop
fnm a impacts height
5 50 1 mm
10 100 5 150
20 250 10
30 500
40 1000
2000
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Guide \ .
M H
g /
14
‘ ‘
Masse réeglable i #
J I ‘
Longueur: 50 mm > e

L

Hauteur préférentielle
de chute: 150 mm

AR,
LR CRRA,

Spécimen placé sous —JL—;;@_

le marteau-pilon >
‘ AT
coane (UL

N\

4.%.8.

Le]
ap

fe nombre d’impacts;

e de

-cirdulaire

CEl 468/94

la hauteur de chute du marteau;

le point d’impact sur le spécimen;

Porientation du spécimen;

le spécimen optiquement actif ou passif;

la procédure de préconditionnement;

la procédure de reprise;

les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;

les mesures en cours d'essai et les exigences fonctionnelles;
les mesures finales et les exigences fonctionnelles;

les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.
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Guide

Adjustable mass

[
50 mm long i Jef;
J 7 I s
= = = =]
Drop 150 mm 1 !

preferred value

v F1--T Y
Bpecimen under s — !

grop hammer 77z AV_\. TrrT
. Lo A
i~ Sy

R = not less than 1/A x . L
drop height + 10mm . ~

el IEC 46894

ure impact test apparatus

458.6

The foll able, shall be specified in the relevant specification:

~- number of impacts;

— hammer drop height;

— point of impact on the specimen;

— orientation of the specimen;

— specimen optically functioning or non-functioning;

— preconditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
— final measurements and performance requirements;

— deviations from standard test procedure.
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4.5.9 Accélération

Cette procédure est appliquée conformément a I'essai Ga de la CEl 68-2-7.

459.1 But

Le but de cette procédure est d'évaluer les effets d'une accélération constante sur des
spécimens, aux valeurs pouvant étre rencontrées en cours d’utilisation.

459.2 Description générale

Le spécimen est monté sur une centrifugeuse et il est soumis a une valeur d’accélération
de créte spécifiée dans les deux sens de trois axes perpendiculaires entre eux, dont I'un

46.9.3 Appareillage

4694 Procédure

4p.9.5 Sévérite

La sévérité comprend le
particuliére.

Lgs sévérré drentiglles\sui

L'eppareillage comprend:

CEIl 68-2-7.

Appliquer la procédure conformé

est paralléle a I'axe optique.

une centrifugeuse conforme aux prescriptionsd

P-7;

un dispositif de fixation approprié confornie a cripti de Pessai Ga de la

ntes peuvent étre spécifiées pour cette procéq

N
iveau de¥'accélération Valeurs de gravité
m/s2 ' équivalentes
\> 49 5
98 10

écification

jiure.

196 20
498 50
980 100
1960 200
4 900 500
9800 000

4.5.9.6 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

la méthode de montage;

les supports et ancrage de I'épissure et du boitier;
le niveau de 'accélération;

la durée de l'accéiération;

I'axe de direction de I'accélération;
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4.5.9 Acceleration

This procedure is conducted in accordance with |[EC 68-2-7, test Ga.

4591 Purpose

The purpose of this procedure is to evaluate the effects of steady-state acceleration on
specimens at the magnitudes that may be encountered during usage.

459.2 General description

The specimen is mounted on a centrifuge and is subjected to a specified value of peak
acceleration in both directions of three mutually perpendicular planes, one of which is
parallel {o the optical axis.

4593 | Apparatus

The apppratus consists of:

— alcentrifuge in accordance with IEC 68-2-7, test Ga;
— alsuitable mounting fixture in accordance with |k

45.9.4 | Procedure

Conduct|{the procedure in accordance wi tes

4595 | Severity

The severity is determined\by ati al. The severity shall be specified in the
detail specification.

¢d geverit{es ified for this procedure.

The folidwing pr

CWM Equivalent
mrs gravity value

9 5
S\

&

Ve

98 10
196 20
498 50
980 100

1960 200
4 900 500
9 800 1000

4.5.9.6 Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

mounting method;

— splice or closure supports and anchorage;
— acceleration level;

— acceleration duration;

— axis and direction of acceleration;
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— le spécimen optiqguement actif ou passif;

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;

— les mesures en cours d’'essai et les exigences fonctionnelies;
- les mesures finales et tes exigences fonctionnelies;

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.

4510 Moisissures

CJatte procédure doit étre effectuée conformément a I'essai J de 1a CEI 68>2-10.

4.6.10.1  But

Lg but de cette procédure est de déterminer l'influence dgs

oftiques et mécaniques des fibres et/ou boitiers. Elle~étudie Jes causes™
dédtérioration des spécimens, que ceux-ci soient o

répistant aux moisissures, en leur faisant subir
sévérité prescrite.

4.5.10.2  Description générale

Lg

o] variantes.

propriétés
visibles de
matériaux
hi selon la

e chambre d’essai dppropriée,

Lé griode d'incubation de 28 jours| I'étendue
de résultant et, si stipulé par la spgécification
er i i t0is issures sur le fonctionnement du [spécimen,
agre

L3 j i 3 aprés une période incubation de 28 jours, I'étendue des
mpisi . 5. quasi-contamination par des substances nutritivgs et tout
dg » dant, et a vérifier leur influence sur le fonctionpement du

spé

dans-lessanexes A et C de la CEl 68-2-10.

ns indiquées

4.5.10.3 Appareillage

L’appareillage comprend:

- une chambre d'essai conforme aux prescriptions de I'essai J de la CEl 68-2-10;

— des récipients en verre ou en matiére plastique équipés de couvercles hermétiques,

conformes aux prescriptions de I'essai J de la CEl 68-2-10.
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— specimen optically functioning or non-functioning;

— preconditioning procedure;

— recovery procedure;

— in

- m

itial measurements and performance requirements;
easurements during test and performance requirements;

— final measurements and performance requirements;

— deviations from standard test procedure.

4.5.10
This pro
45.10.1

The pur
and mec

material

45.10.2

The spe
the sped

Variant
damage
function

Variant
contami
effect or

Mould growth

~edure is conducted in accordance with IEC 68-2-10, test J.

Purpose

pose of this procedure is to determine the effects of n
hanical properties of fibres and/or closures. It investi

C of IEC88

sical
ct on

1asi-
the

dices

4.5.10.3 Apparatus

The apparatus consists of:

- a

suitable environmental chamber in accordance with IEC 68-2-10, test J;

— containers of glass or plastic with close-fitting lids in accordance with IEC 68-2-10,
test J.
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4510.4 Procédure

Appliquer la procédure conformément & 'essai J de la CEl 68-2-10.

45.10.5 Sévérité

La sévérité comprend les cultures ou spores & cultiver et la durée d’exposition définie par
la variante d’essai. Elle doit étre indiquée dans la spécification particuliére.

Les sévérités préférentielles suivantes sont des sévérités facultatives pouvant étre
spécifiées pour cette procédure:

Culture typique

Ne° Nom Lignée (& titre d'indication
seulement)

Aspergillus niger | V Tieghem ATCC, 6275 riaux

4 Aspergillus terreus | Thom. PQMD, 82 j < s

B Aureobasidium {De Barry) ATCC, 9348 pes
puilulans Arnaud

i Poecilomyces Bainier et le cuir
variotii

b Penicillium Thom. K,

funicolosum

L*2)

Résiste aux sels de cuivre, et gttaque
les matiéres plastiques et les téxtiles

ochrochloron
7 Scopulariopsis < afc.) Ba 1A 146 Attaque le caoutchouc
brevicaulis Van Glabra
hom.
B Trichgdexma r3q. EXNFr.\| 1AM, 5061 Attaque la cellulose, les textile$ et les
viride matiéres plastiques

Penicillium Biourge

écification

Vles cultures et spores a utiliser;

— le spécimen optiquement actif ou passif;

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;

— les mesures en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;
— les mesures finales et les exigences fonctionnelles;

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.
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4.510.4 Procedure

Conduct the procedure in accordance with IEC 68-2-10, test J.

45.10.5 Severity

The severity is determined by the combination of the cultures or spores to be grown and
the duration of exposure as defined by the test variant. The severity shall be specified in
the detail specification.

The following preferred severities are non-mandatory severities which may be specified for
this procedure:

No. Name Strain " Typiggl culturet' /\atu e x
or guidance only)

ials]

1 Aspergillus niger V Tieghem ATCC, 6275
Aspergillus terreus | Thom. PQMD, 82
3 Aureobasidium (De Barry) ATCC, 9348
gullulans Arnaud
4 Roecilomyces Bainier |1AM, 5001
Variotii
5 Renicillium Thom. L7 materials, especially
funicolosum
6 Renicillium Biourge esistant to copper salts, and attacks
gqchrochloron plastics and textiles
7 $copulariopsis Attacks rubber
Brevicaulis
8 Trichoderm [ Attacks cellulose, textiles and plasticy
yiride Q
4.5.10.6
The foligy

- cqlltures and spores to be used;

— specimen optically functioning or non-functioning;

— preconditioning procedure;

— recovery procedure;

~ initial measurements and performance requirements;

— measurements during test and performance requirements;
— final measurements and performance requirements;

— deviations from standard test procedure.
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4511 Froid

Cette procédure est appliquée conformément a I'essai Ab de la CEl 68-2-1.

45111 But

Le but de cette procédure est de déterminer I'aptitude des épissures et des boitiers a
supporter de basses températures, en cours d'utilisation et/ou de stockage.

Cette procédure consiste a réduire graduellement la température et a soumettre des
spécimens a des températures basses pendant un laps de temps suffisant pour quils
attelgnent Ieur stablllte thermlque Cette procédure ne permet pas d’ évaIuer I'aptitude des
SPE 1 I de—variations—de FApE —bafis ce cas,

4.

L . minyie ensuite
latempérature de la chambre a raison de 1 °C par j ce que la
température d’essai soit atteinte, et on le maintient a & z t la durée
sp Main 8 b jusqu’au
rélablissement de la température ambiante. On laj i spécimen

hi Ab de ia

ppafei"age comprend une chambre d’essaj
1 68-2-1.

4.5.11.4 Procés

Af essai Ab de la CEl 68-2-1
4.
L3 erj 3 wpéfature et la durée d’exposition. Elle doit étre indifjuée dans

Le ure:

Température Durée

°C h
-65 2
-55 16
-40 72
-25 96
-10

-5

+5
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4.5.11 Cold

This procedure is conducted in accordance with IEC 68-2-1, test Ab.

4.511.1  Purpose

The purpose of this procedure is to determine the suitability of splices and/or closures for

use and/or storage under conditions of low temperature.

This procedure relates to a gradual reduction in temperature and is for specimens which
are subjected to a low temperature for a time long enough for the specimen to achieve
temperature stability. 1t does not permit the assessment of the ability of specimens to
withstand—or operate during temperature variations For this, the change.ef temperature

procedufe would be used (see 4.5.16).

4.5.11.2] General description

The specimen is placed in a chamber at ambient temperaturg.
lowered|to test temperature at a rate not to exceed 1 °C per mi
temperature for the specified duration. At the end of the peri
the chamber while the temperature is raised to ambie

temperature equilibrium at ambient temperature betore

out. '

4.5.11.3| Apparatus

The apparatus consists of an environme e ordance with IEC 68-2-1, test
4.5.11.4 Procedure

Conducf the procedur 68-2-1, test Ab.

4.511.5

The sey ¢/ combination of the temperature and duratio

exposur, d.in the detail specification.

The follgwi d severities may be specified for this procedure:

then
that
s in
tain
rried

Ab.

N of

Temperature Duration

°C h
=65 2
-55 16
-40 72
-25 96
-10

-5

+5
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45.11.6  Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la sp
appropriée:

— la température;

— la durée d’exposition;

— le spécimen optiquement actif ou passif;

— la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;

CEl:1994

écification

— les mesures en cours d’essai et les exigences fonctionnelles;
— les mesures finales et les exigences fonctionnelles;

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normali
4.%.12 Chaleur séche

Cdtte procédure est appliquée conformément a I'gs

45121 But

s

Lel but de cette procédure est(de et I'apti de/spécimens

a supporter des

C¢q ont la température et & soumettre les
sp) t un laps de temps suffisant gour qu’ils
at océdlre ne permet pas d'évaluer I'agtitude des
spgcimens a rési er € de variations de température. Dagns ce cas,

0 apphqueri iap

¢ nL‘nte alors
bre, a raison de 1 °C par minute, jusqu’a ce que la température

ide. A la fin

ment de la
iliser a la

L’appareillage comprend une chambre d’essai conforme a I'essai Bb de la CEI 68-2-2.

4
4512.4 Procédure

Appliquer la procédure conformément a I'essai Bb de la CEl 68-2-2.

45125  Sévérité

La sévérité comprend la température et la durée d’exposition. Elle doit étre indiquée dans

la spécification particuliére.
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4.5.11.6  Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

— temperature;

— duration of exposure;

— specimen optically functioning or non-functioning;

— preconditioning procedure;

— recovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;

— mepasurements during test and performance requirements;
— i
— dgviations from standard test procedure.

ral measurements and performance requirements;

4.512 |Dry heat

This pro¢edure is conducted in accordance with {EC 68-2-

45.12.1| Purpose

The pur SUi pecimens for use and/or

storage

This pro s re and is for specimens which
are subj hjeve
temperajure stability. It do® s X iith-
stand o ' \ jati ure
procedu

4.5.12.2

The spe 8 hen
raised {q S ~ a_rate not to exceed 1 °C per min and maintained at |that
tempera X R ifi Pation. At the end of the period, the specimen remains in
the chap il perature is lowered to ambient. It is then allowed to aftain
tempera ilibkium_at> ambient temperature before final measurements are cafried
out. :

4.512.3| \Apparatus

The apparatus consists of an environmental chamber in accordance with IEC 68-2-2,
test Bb.

4512.4  Procedure

Conduct the procedure in accordance with IEC 68-2-2, test Bb.

45125 Severity

The severity is determined by the combination of the temperature and duration of
exposure. The severity shall be specified in the detail specification.
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Les sévérités préférentielles suivantes peuvent étre spécifiées pour cette procédure:

Température Durée
°C h

30 155 2
40 175 16
55 200 72
70 96
85
100
125

45.12.6  Détails a préciser

Las détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifi daps\la écification

apgpropriée:

— la température;
— la durée d’exposition;
— le spécimen optiquement actif ou passif;

— la procédure de préconditionnement;
— la procédure de reprise;

46.13 Chaleu

Cette proc

ai Ca).

porter une
£n cours d'utilisation et/ou de stockage. L'essai sert avant tout a
on des effets d’'une humidité élevée, a température |constante,

4b5.48.2 DeScription générale

Le spécimen est placé dans une chambre et soumis & un environnement de chaleur
humide maintenue a4 40 °C pendant la durée spécifiée, avec une humidité relative
de 93 %.

45.13.3 Appareillage

L'appareillage comprend une chambre d’essai conforme & I'essai Ca de la CEl 68-2-3.

4513.4 Procédure

Appliquer la procédure conformément a I'essai Ca de la CEl 68-2-3.
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The following preferred severities may be specified for this procedure:

Temperature
°C

30 165
40 175
55 200
70
85

100

125

-1563 -

Duration
h

2
16
72
96

4.5.12. Details to be specified

The follpwing details, as applicable, shall be specified in the releva

t¢mperature;

- recovery;

4513

This prg

4.5.13.1

The puy
and/or §
permit ¥
period.

4.5.13.9

ration of exposure;

Generaldescription

reconditioning procedure;

specimen optically functioning or non-functioning

F use
ed to
given

The specimen is placed in a chamber and subjected to a damp heat environment which is

maintained at 40 °C with a relative humidity of 93 % for a specified duration.

4.5.13.3 Apparatus

The apparatus consists of an environmental chamber in accordance with IEC 68-2-3, test Ca.

45134 Procedure

Conduct the procedure in accordance with IEC 68-2-3, test Ca.


https://iecnorm.com/api/?name=2b40c98544c51e5e827268275dfc128a

- 154 - 1073-1 © CEI:1994

45.13.5 Sévérité

La sévérité comprend la température, 'humidité et la durée d’'exposition. Elle doit étre
indiquée dans la spécification particuliére. Une des sévérités suivantes peut étre spécifiée
pour cette procédure:

Durée d'exposition
(jours)

4
10
21
56
46.13.6 Détails a préciser
Les détails suivants doivent, le cas échéant, &tre spex dan spécification

appropriée:

— la durée d’exposition;

tlimatiques

quées dans la specnflcatlon pamcuhere.

4.5.14.2 Description générale

Cette procédure est une séquence climatique dans laquelle les composants sont soumis a
un certain nombre d’essais climatiques dans un ordre déterminé. Il existe trois méthodes
d’essai.

La méthode 1 consiste & soumettre le spécimen d'abord a des températures élevées et
ensuite & un cycle de chaleur humide a 55 °C. Le cycle de chaleur humide est immediate-
ment suivi par un essai de froid de sorte que I'eau qui pénétré dans le spécimen géle et
endommage encore plus le spécimen. Un essai basse pression atmosphérique permet de
compléter la vérification de I'étanchéité du spécimen.
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45135

Severity

The severity is determined by the combination of the temperature, humidity and exposure
time and shall be specified in the detail specification. One of the following severities may
be specified for this procedure:

45.13.6

The follgwing details, as applicable, shall be specified in the releva

— eyposure duration;
— special precautions to be taken regarding the repaov
— specimen optically functioning or non-function

- P
- T

Exposure time
(days)
4
10
21
56

Details to be specified

econditioning procedure;
overy procedure;

- d
4514
45141
The pur g of
sequent
Climatic and
is applidable-to spetifiens with climatic categories of 4, 10, 21 and 56 days of damp heat.
It shall be~éarried out in accordance with the procedures and severities specified in the

detail specification.

4.5.14.2

General description

This procedure is a climatic sequence in which components are exposed to a number of

climatic

conditioning tests in a fixed order. There are three methods.

Method 1 consists of first exposing the specimen to high temperatures and then to a cycle
of damp heat at 55 °C. The damp heat is immediately followed by a cold test so that any
water which has entered the specimen will be frozen and may cause further damage. Low
air pressure completes the check on the sealing of the specimen.
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Un conditionnement plus séveére est prévu dans la méthode 2 qui introduit un essai a
basse température entre les deux cycles de chaleur humide.

La méthode 3 est congue pour fournir une séquence climatique courte pour des essais

d

’homologation lot par lot.

On utilise fréquemment la séquence climatique aprés les essais d'environnement tels que
les essais de vibrations ou de secousses, pour vérifier que le spécimen n’a pas été fissuré
ni endommagé par ces essais.

4.

5.14.3  Appareillage

Le matériel employé pour cette séquence comprend une ou plusieurs chambres d'essai
aipropriée(s), les procédures initiales de chaleur séche, de chaleuy huride, de|froid et de
b

4

Méthode 1

sse pression atmosphérique.

5.14.4  Procédure

ature de la
iculiére.

ht étre effec-

ambiantes

1-14, —/-/10, —/-/21 ou —/-/56 dojt étre sou-
le de 24 h

n doit étre
2 h ala

éfre effectuées

4t autorisé.
ambiantes

g)“Le spécimen est ensuite soumis a I'essai M de la CEl 68-2-13, en utilisapt le degrée

de sévérité décrit dans la speécificalion appropriee. L epreuve a basse pression est
effectuée entre 15 °C et 35 °C pendant 1 h sauf stipulation contraire dans la spécifi-
cation appropriée.

h) A ce stade de la procédure, un intervalle ne dépassant pas 72 h est autorisé.
Durant cet intervalle, le spécimen est maintenu dans des conditions ambiantes
normales de laboratoire, entre 15 °C et 35 °C.

i) Le spécimen doit ensuite étre soumis & I'essai Db de la CEl 68-2-30 pour le nombre
de cycle suivants:

Catégorie Cycles

-/-156
—-/-/21
-/~110
~/-14

- s -
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Method 2 gives a more severe conditioning by interposing a cold test between each of the
damp heat cycles.

Method 3 is a short sequence intended for lot-by-lot inspection.

Climatic sequence is normally used after environmental tests such as vibration or bump to
verify that the specimen has not been cracked or damaged by the environment.

45143 Apparatus

The apparatus used in this sequence consists of a suitable environmental chamber or
chambefs in accordance with the primary procedures for dry heat, daam nmﬁ and

low air gressure.

4514.4 Procedure

Method |1

a) The specimen shall be subjected to test Ba of 3 i 2 gory
temperature or the temperature prescribed in the g i

NOTE| -~ Where prescribed in the relevant specification SUrE be Cimen
while 3t the high temperature.
b) V|sually examine the specimen.

c) Ap interval not exceeding 72 h ispermittec iring
the ipterval, the specimen shall be > ons,
15 °( to 35 °C.

d) Any specimen
jected to test Db, s¢

a recpvery period 0
e) Immediate z

to tes

sub-
d by

cted

NOTE Cimen
while §

i A Liring
the i ions,

15 °Q
g) Thespecimen shall then be subjected to test M of IEC 68-2-13, using the degrge of
severity described In the relevant speciication. The low pressure conditforing stall be
carried out at 15 °C to 35 °C for 1 h unless otherwise prescribed in the relevant
specification.

h) An interval not exceeding 72 h is permitted at this stage of the procedure. During
the interval the specimen shall be kept under normal laboratory ambient conditions
between 15 °C to 35 °C.

iy The specimen shall then be subjected to test Db of IEC 68-2-30 for the following
number of cycles:

Category Cycles

— /156
—/-i21
—/-/10
/-4

PN )]
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j) Sila spécification appropriée le prescrit, le spécimen est retiré de la chambre aprés
le nombre de cycles spécifié est Secoué pour éliminer les gouttelettes d’eau et, dans
les 15 min qui suivent, soumis aux essais optiques et mécaniques prescrits.

k) Laisser le spécimen repdser pendant 1,5 h a 2 h dans les conditions normales de
reprise.

[y Examiner visuellement le spécimen et vérifier ses propriétés optiques et
mécaniques comme prescrit dans la spécification appropriée.

m) Lorsqu’une reprise prolongée est prescrite dans la spécification approprice, le
spécimen doit étre maintenu dans les conditions atmosphériques normales de reprise
pendant une durée supplémentaire égale & 24 h. A la fin de cette période, examiner
visuelementle °péc£men et mesurerta pn.rto dinsertion-comme gﬂ:mnrit pac la spéciﬁ_

cation appropriée. Les spécimens doivent étre conformes aux gxigences de delle-ci.

Bthode 2

a) Cette méthode s’applique aux spécimens de la u'elle est
prescrite par la spécification appropriée.
b) Le spécimen est soumis aux opérations des poin de la méthode 1.

¢) Le spécimen est ensuite soumis & I'essgi B0 pour un

Y : b cimen est
soumis a I'essai Aa de la CE de~de 2 h a la température de la
catégorie inférieure.

3 la procédure des points c)|et d) puis
une nouvelle fois 2 i Mofsque la durée nécessaire a [cette série

de cycle rend I'exécution, un intervalle ne |dépassant
pas 72 h est autorisé. it jiitervenir entre un cycle a basse tgmpérature
et le cycle de chs i

f)y Si a@ stion intermédiaire et/ou particuliére appfopriée, le
spécime ANE: de.a \chaiybre, secoué pour éliminer les gouttelettep d'eau et

soumis, d iWent, aux essais optiques et mécaniques presrits.

le spécimen et vérifier ses propriétés optiques et
escrit dans la spécification intermédiaire et/ou particuliere. La
gcrire une période supplémentaire de reprise de 24 ) dans des

de Cette période, examiner visuellement le spécimen et mesurgr la perte
d'insertion. comme prescrit par la spécification intermédiaire et/ou particuliére
dppropriée. Le spécimen doit étre conforme aux exigences de celle-ci.

Méthode 3

Cette méthode est identique a la méthode 1, a I'exception des points suivants:

- il i’y a pas d’examen visuel imposé aprés le conditionnement en chaleur séche
indiqué au point a) de la méthode 1;

— le conditionnement a basse pression indiqué au point g) de la méthode 1 selon
essai M n’est appliqué que s’il est prescrit dans la spécification appropriée;

— dans la deuxiéme application du conditionnement cyclique de chaleur humide du
point i) de la méthode 1 selon essai Db, sévérité B, variante 1 de la CEIl 68-2-30, le
spécimen n'est soumis qu’a un seul cycle.
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i) Where prescribed in the relevant specification, the specimen shall be removed from
the chamber after the specified number of cycles, shaken so as to remove droplets of
water, and within 15 min, shall be subjected to the prescribed optical and mechanical
tests.

k) The specimen shall be allowed to recover for 1,5 h to 2 h under standard conditions
for recovery.

I) The specimen shall be visually inspected and shall be optically and mechanically
checked as prescribed in the relevant specification.

m) Where extended recovery is prescribed in the relevant specification, the specimen
shall remain under standard atmospheric conditions for recovery for a further period
of 24 h. At the end of th|s penod the specimen shall be visually mspected and shall be
subje 3 svartspecific

and s

hall meet the requirements therein.

Method |

"

a) This method applies to specimens of category —/—/56 wh

vant
specilication.
b) T:[e specimen shall be subjected to the requirementshitems.g nethod 1
c) The specimen shall then be subjected to test Db, me : C 68-2-30 for(one

cycle lof 24 h, followed by the recovery period of 1,5 Htg 2 h:

item\c) the Q i shall be subjectad to
t the lowercategoty temperature.

d) Immediately after the damp hea
test Aa of IEC 68-2-1 for a period 0

e) The specimen shall be subject i nore
times| followed once agai i . Where the Iength of time taken
for th|s series of cycles makeg i inter i not
exceqgding 72 h is i ccur
betwgen a cold cycle

en

Method 3

Method 3 is the same as method 1 except that:

— there shall be no requirement for visual inspection after the dry heat conditioning in
item a) of method 1;

— the low pressure conditioning in item g) of method 1 for test M shall be applied only
where prescribed by the relevant specification;

— in the second application of cyclic damp heat conditioning in item i) of method 1 for
test Db, severity B, variant 1 of IEC 68-2-30, the specimen shall be subjected to only
one cycle.
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4.5.145 Sévérité

La sévérité comprend la température/durée de chaleur séche, la température/durée de
chaleur humide, la température/durée de froid et la durée/pression de la basse pression

atmosphérique.

Les procédures initiales des méthodes 1, 2 et 3 présentent des sévérités préfeérentielles.

4.5.14.6  Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification

appropriée:

— la méthode;
- le spécimen optiquement actif ou passif;

— la procédure de préconditionnement;
— la procédure de reprise;

— les mesures initiales et les exigences fonction
- les mesures en cours d'essai et les exigenee

4.5.15 Condensation

Cétte procédure est appliquée cg

45.15.1 But

Lgq but de cette|p dne séquence composite d'essais

ddterminer Atxés
cgnditions @ mRé

ance des spécimens aux effets destr

adaptée a
uctifs des

pur mettre en évidence dans un spécimen l¢s défauts
par opposition aux effets d’absorption d’humidité
de I'eau emprisonnée dans les criques ou fissures afnsi que la

Cet essai

(ols , le degré de condensation varie suivant la taille el la masse
th

C i differe’ des autres essais de cycles de chaleur humide en ceci que §a sévérité
egt.accrue du fait:

— d'un plus grand nombre de variations de température ou d’actions de «pompage»

dans un temps donné;
— d’'une plage de températures plus grande pour le cycle;
— d’une variation de températures plus rapide;

— de Pintégration d’'un certain nombre de passages & des températures au-dessous

de 0°C.

Ce type d’'essai est particulierement important pour les composants constitués d'un grand
nombre de matériaux différents, spécialement ceux qui comprennent des joints de verre.
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45145 Severity

The severity is determined by the combination of the dry heat temperature/duration, the
damp heat temperature/duration, the cold temperature/duration and the low air
pressure/duration.

Methods 1, 2 and 3 have preferred severities within the primary procedures.

45.14.6  Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

- method;
— specimen optically functioning or non-functioning;

— preconditioning procedure;
— rgcovery procedure;

— initial measurements and performance requirements;
— mleasurements during test and performance requi

- d
4515
This pro
45,151
The pur nded
to deter htive
effects ¢
It is inte ab-
sorption acks
and fisg vary
dependi
This tes erity
from:

- a greater number of temperature variations or "pumping" actions in a given time;

— a greater cyclic temperature range;
— a higher rate of change of temperature;
— the inclusion of a number of excursions to sub-zero temperature.

This type of test is particularly important for components comprising a variety of different
materials, especially those including glass joints.


https://iecnorm.com/api/?name=2b40c98544c51e5e827268275dfc128a

_162 - 1073-1 © CE1:1994

4.5.15.2 Description générale

Le spécimen est placé dans une chambre humide et soumis a 10 cycles de
température/humidité, chacun d’'une durée de 24 h. Le spécimen doit étre soumis a un
cycle de froid au cours de I'un des cinq cycles compris parmi les neuf premiers cycles,
aprés avoir été soumis a une épreuve d’humidite.

45.15.3 Appareillage

Le matériel comprend des chambres d'essai adéquates, conformes a l'essai CEI
approprié.

NOTE - Cette procédure peut étre appliquée dans une ou deux chambres séparées, & condition que les
exigences de 1a CEl68-2-38 SOIeNT TeSpectess.

45.15.4 Procédure

4p.15.5  Sévérité

L3 sévérité comprend I'’humidité et la durée, la exposition
aihsi que la durée et le nombre de cycles de froid

L'essai Z/AD de la CEl définit u les cycles
de¢ température/d’humidité, le cy froid et le
cycle final. ’

4,

Le¢s détails suiy 8 écification

af

naies et les exigences fonctionnelles;

—, (Tes écarts’par rapport a la procédure d’essai normalisée.

ats e s

4 F.y AL bt =) ol o g S
ReFR A varauauris Tapiuc o ucieiTiperaluaic

Cette procédure est appliquée conformément a I'essai Na ou Nb de la CEl 68-2-14.

45.16.1 But

Le but de cette procédure est de déterminer I'aptitude d’'un spécimen a supporter les
effets des variations de température ou d’une succession de variations de température.

L'essai Na consiste a soumettre le spécimen a des températures extrémes, avec des

temps de transition trés brefs, ce qui revient a soumettre le spécimen & une série de
chocs thermiques.
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4.5.15.2  General description

The specimen is placed in a humidity chamber and subjected to 10 temperature/humidity
cycles, each of 24 h duration. During any five of the first nine cycles after exposure to the
humidity sub-cycle the specimens shall be subjected to cold.

4.515.3 Apparatus

The apparatus consists of suitable environmental chambers in accordance with the appro-
priate IEC test.

NOTE - This process may be performed in either one or two separate chambers, provided the require-
ments Epecified in TEC68-2-38 are mer.

4515.4| Procedure

Conduct|the procedure in accordance with I[EC 68-2-38, test Z/

4.5.15.5| Severity

tion, the |cold
tempera

hé temperature/humnjidity
the final cycle.

IEC test
cycle, th

4.5.15.6

The follg i S d in the relevant specification:

4.5.16 “Raprdchangeoftemperature

This procedure is conducted in accordance with IEC 68-2-14, test Na or Nb.

45.16.1  Purpose

The purpose of this procedure is to determine the suitability of a specimen to withstand
the effects of change of temperature or a succession of changes of temperature.

Test Na subjects the specimen to extremes of temperature with a very short change-over
time, in essence, subjecting the specimen to a series of thermal shocks.
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L'essai Nb consiste & soumettre le spécimen a une variation pius graduelie des tempéra-
tures, ce qui provoque des contraintes mais aucun choc thermique.

4.5.16.2  Description générale

Le spécimen est d’abord soumis & une température extréme, pendant une période de
temps donnée. Il est ensuite soumis a la température extréme opposée, pendant la méme
durée.

La différence entre les essais Na et Nb réside dans la maniére dont on modifie les
températures et dans le temps de transition entre chaque modification.

4.5716.3  Appareifiage

Na ou Nb

o

Le| matériel comprend des chambres d’essai appropriées, confg es

de|la CEl 68-2-14.

4.%5.16.4 Procédure

Agpliquer la procédure conformément & I'essai Na ou

45165  Sévérité

Lal sévérité comprend la basse temps de

transition ou la vitesse de variati

Lefs sévérités préférentielles suivante e.spécifiées pour cette procédure:
Haute em\&dature “Bass mpérature Durée
[\ °C h
55 10 -25 10
< 0 5 5 -40 30
200 0 -85 60
1 -5 -65 120
125 -10 180

\ Trw Vitesse de variation Cycles

N ssai Na) de la température
(Essai Nb) 5 (Essai Na)
°C/min
I 2 (Essai Nb)
anuel e 1
Automatique <1/2 3

45.16.6  Détails a préciser

Les détails suivants doivent, les cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

'essai Na ou Nb;

la haute température;

la basse température;

!

fa durée des températures extrémes;
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Test Nb subjects the specimen to a more grédual variation of temperature which stresses
but does not shock the specimen.

4.5.16.2

General description

The specimen is first subjected to one extreme of temperature for a given period of time. It
is then subjected to the other extreme of temperature for an equal period of time.

The difference between tests Na and Nb is in the manner and time of the change-over
between temperatures.

45.16.3

The app

test Na gr Nb.

4.5.16.4

Conduct

4.5.16.5

The seve

duration

The follg

Apparatus

hratus consists of suitable environmental chambers in accordange witf

Procedure

procedure:

High temper urew Duration
h

5 10
‘ 17 30
00 60

2 120
QQ/O\ 15 180

ove Temperature Cycles
Te t change rate
(Test Nb) 5 (Test Na)

“C/
mo 2 (Test Nb)

p-14,

fure,

Automatic <1/2

45.16.6

g w =

Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specitication:

— test Na or Nb;
— high temperature;

— low temperature;

— duration of extreme temperature;
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~ le nombre de cycles;

— le spécimen optiquement actif ou passif;

~ la procédure de préconditionnement;

— la procédure de reprise;

— les mesures initiales et les exigences fonctionnelles;

— les mesures en cours d’'essai et les exigences fonctionnelles;
— les mesures finales et les exigences fonctionnelles;

— les écarts par rapport a la procédure d’essai normalisée.

4.5.17 Atmosphére corrosive (brouiilard salin)

Cette procédure est appliquée conformément a I'essai Ka de la

415171  But

CEl:1994

Le but de cette procédure est de comparer la résistanse de SREC onstruction

similaire aux détériorations dues au brouillard sali
qualité et 'lhomogénéité des revétements prote
éire prises en compte:

~ [Pessai ne peut convenir en tant qu'essal

455.17.2  Description général

ion munie de baies pour recevoir ies spécimens;
aline équipé d'un systéme permettant de surveiller lg

chambre.

Le matériel sera conforme aux prescriptions de I'essai Ka de la CEIl 68-2-11.

4517.4  Procédure

Appliquer la procédure conformément & I'essai Ka de la CEl 68-2-11.

45175 Sévérité

La sévérité comprend la durée d’exposition. Elle doit étre indiquée dans la sp
particuliére.

évaluer la
suivantes doivent

5 pour étre

niveau de

itif v' pulverlsatlon de 'eau saline, avec buses appropriées |et alimen-

——un—dispositit—pour—humidifler tar & une température supérieure a4 celle de la

écification
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cycles;

specimen optically functioning or non-functioning;
preconditioning procedure;

recovery procedure;

initial measurements and performance requirements;
measurements during test and performance requirements;
final measurements and performance requirements;
deviations from the standard test procedure.

45.17 Corrosive atmosphere (salt mist)

This procedure is conducted in accordance with IEC 68-2-11, test Ka.

45171 Purpose

constru
and un
account

The pu(lpose of this procedure is to compare the resistance of imitar

inten
4.5.17.2

The sp(Iimen is exposed
temperatu

4517.3 Appa S

The app

air st

ality
into

tion to deterioration from salt mist. This test is
ormity of protective coatings. The following

nens

at a
re of 35 °C.

a

g

a

a ssed

a

[N (2% 3 Foy
a lUIIIPUIGlUID.

The apparatus shall be in accordance with IEC 68-2-11, test Ka.

4.5.17.4  Procedure

Conduct the procedure in accordance with IEC 68-2-11, test Ka.

45175  Severity

The severity is determined by the duration of exposure. The severity shall be specified in
the detail specification.
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Les sévérités préférentielles suivantes peuvent étre spécifiées pour cette procédure:

Durée
h

16
24
48
96
168
336
504
672

4.5.17.6 Détails a préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spé spécification

appropriée:

— la durée;
— le spécimen optiquement actif ou passif;
— la procédure de préconditionnement;
— la procédure de reprise;
— les mesures initiales et le

4.5.18 Poussié
45.18.1

but de ¢ cimen.

4,
Le t solmis & une concentration de poussiere spécifiée, dans ung chambre
dg b donné.

Appareillage

L'appareillage comprend:

— une chambre d'essai;
— un dispositif de mesure selon la figure 30;
— de la poussiére qui peut passer par un tamis d'une ouverture de 150 um.

Chambre d’essai

La chambre d'essai doit étre capable de supporter une élévation de température
maintenue a 35 °C + 2 °C, avec une humidité reiative ne dépassant pas 60 %. La quantité
d’air produite doit étre suffisante pour que 25 g + 5 g de poussiére puissent se déposer
dans 'appareil de mesure en 5 min.
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The following preferred severities may be specified for this procedure:

Duration
h

16
24
48
96
168
336
504
672

45.17.6| Details to be specified

The follqwing details, as applicable, shall be specified in the releva

— dgyration;
—~ specimen optically functioning or non-functioning;

— pileconditioning procedure;
— recovery procedure;

nce—requi
roe.

— deviations from the

45.18
4.5.18.1

The purj rermine the effects of dust on the specimen.
4.5.18.2

The spegi 'e pesed 1o a specified dust concentration within a conditioning chamber
in which igis’ci d over a period of time.

4.5.18.3 \{Apparatus

The apparatus consists of:

— atest chamber;
— a measuring device as per figure 30;
— dust capable of passing through a sieve of 150 um aperture.

Test chamber

The test chamber shall be capable of being raised to and maintained at a temperature
of 35 + 2 °C with a relative humidity not exceeding 60 %. It shall be adjustable so as to
produce a dust concentration sufficient to deposit 25 g £ 5 g in the measuring device over
a period of 5 min.
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Appareil de mesure

L’appareil de mesure est représenté a la figure 30.

Ecrans

230

> Feuille de laiton
de 0,71 mm d'épaigseur
1
1
1
Q
|
|

Plateau amovible

CEI'| 469194

Dimensions en millimétres

Figure 30 — Poussiere: Appareillage d’essai

4518.4  Procédure

a) Adapter la concentration de poussiére de la chambre d'essai aux conditions de
service indiquées en 4.5.18.3.

b) Diviser les spécimens en deux groupes égaux. Un groupe doit étre accouplé, l'autre
doit étre désaccouplé mais avec les couvercles de protection en place, le cas échéant.

c) Placer le spécimen dans la chambre d’essai pendant la durée spécifiée.
45185  Sévérité

La sévérité comprend la durée d’exploitation. Elle doit étre indiquée dans la spécification
particuliere.
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Measuring device

The measuring device is detailed in figure 30.

Baffles

230

G aterial: 0,71 mm

thick brass sheet

Detachable tray

IEC 469194

Dimensions in millimetres

Figure 30 - Measu'ring device for dust

45.18.4 Procedure

a) Adjus't test chamber dust concentration to the operating conditions given in
4.5.18.3.

b) Divide the test samples into two equal groups. One group shall be mated and the
second group unmated but with their protective covers, if any, in place.

¢) Place specimen into the test chamber for the specified duration.
45.18.5 Severity

The severity is determined by the duration of exposure. The severity shall be specified in
the detail specification.
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Les sévérités préférentielles suivantes peuvent étre spécifiées pour cette procédure:

Durée
min

5
10
30
60

4.5.18.6  Détails a préciser

L détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

— la durée d’exposition;

— le spécimen optiquement actif ou passif;
— la procédure de préconditionnement;
— . la procédure de reprise;

— les mesures initiales et les exigences fone
les mesures en cours d’essai et les exig

ntenant de
es fins de
renseigner

cifice.

463103 Apnnareillane
SIS Lagad k4

L'appareillage comprend une chambre d’essai conforme aux prescriptions de I'essai Kc de
la CEl 68-2-42.

4519.4 Procédure

Appliquer la procédure conformément & I'essai K¢ de la CEl 68-2-42.

45195 Sévérité

La sévérité comprend la durée d’exposition. Elle doit étre indiquée dans la spécification
particuliére.


https://iecnorm.com/api/?name=2b40c98544c51e5e827268275dfc128a

1073-1 © IEC:1994 173 -

The following preferred severities may be specified for this procedure:

Duration
min
5
10
30
- 60

4.5.18.6 Details to be specified

The following details, as applicable. shall be specified in the relevant specification:

— duration of exposure;

— specimen optically functioning or non-functioning;
- pteconditioning procedure;

— rgcovery procedure;

itial measurements and performance requirements;

!
=

- m

4.5.19

This pro

4.5.19.1

The pur| ¢ S assess the corrosive effects of atmospheres poljuted

with su
purpose
specimg

4.5.19.2

The speci

4.5.19.

The apparatus consists of a test chamber in accordance with IEC 68-2-42, test Kc.

4519.4 Procedure

Conduct the test in accordance with IEC 68-2-42, test Kc.

4519.5 Severity

ative
the

The severity is determined by the duration of exposure. The severity shail be specified in

the detail specification.
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Les sévérités préférentielles suivantes peuvent étre spéciﬁéés pour cette procédure:

Durée
(jours)
4
10
21

45.19.6  Détails & préciser

Les détails suivants doivent, le cas échéant, étre spécifiés dans la spécification
appropriée:

— la durée;
- le spécimen optiquement actif ou passif;

— la procédure de préconditionnement;
— la procédure de reprise;
— les mesures initiales et les exigences fonction

4.4

Cdtte procédure est ¢

4.5.201 But

Le but de’@;e 4 pression
atosphériqire,/se

riques et

fa valeur

oi elle est

45203 Appareillage

L’appareillage comprend une chambre d’essai conforme aux prescriptions de I'essai M de
la CEl 68-2-13.

4520.4 Procédure

X

Appliquer la procédure conformément a lI'essai M de la CEl 68-2-13. Dans le cas
d’épissures ou de boitiers étanches, le cable doit étre terminé aux deux extrémités ou
bien son extrémité libre doit étre étanche.
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The following preferred severities may be specified for this procedure:

Duration
(days)
4
10
21

4.5.19.6  Details to be specified

The following details, as applicable, shall be specified in the relevant specification:

- dyration;

— spgecimen optically functioninggor non-functioning;

— prieconditioning procedure;

— refcovery procedure;

— injtial measurements and performance requirements

~ mpeasurements during test and performance requirements;

|
—y
=
=2
3
[V
[
[}
c
-
4]
3
[V]
3
=4
(72}
Q
3
o
e
@
=3
(=]
=
3
2
3
o
[}
-
4]
Q
[

4.5.20 |Low air pressure

This progedure is conductg

4.5.20.1 Purpose
The purpose of t@vo
might bg encounteréd

45.20.2

h as

The spelci is i 0 the chamber at standard atmosphere and temperature
conditioRs. .| The
air presg

4.5.20.3| NApparatus

The apparatus consists of an environmental chamber in accordance with IEC 68-2-13,
test M.

4520.4 Procedure

Conduct the test in accordance with IEC 68-2-13, test M. In the case of hermetically
sealed splices or closures, the cable shall either be terminated at both ends or shail have
its free end sealed.
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45.20.5 Sévérité

La sévérité comprend la pression atmosphérique et la durée. Elle doit étre indiquée dans
la spécification particuliére.

Les sévérités préférentielles suivantes peuvent étre spécifiées pour cette procédure:

Pression atmosphérique Durée
kPa
1 25 5 min
2 40 30 min
4 55 2h
8 70 4h
15 84 T6h 7

4.5.20.6 Détails a préciser

Lgs détails suivants doivent, le cas échéant, écification

agpropriée:
— la pression atmosphérique;

— la durée;

onctionnelles;

re d’essai normalisée.

procédure est d'évaluer les effets des rayonnement solairgs sur les
matériaux d'uw spécimen. Elle a pour but de simuler les rayonnements rencTntrés ala
surface du giobe

AVERTISSEMENT

L'attention des utilisateurs éventuels de ces essais de rayonnement est attirée sur les risques que de tels
essais peuvent faire courir sur la santé. L'article 9 de la CEl 68-2-9 traite ce sujet.

45212 Description générale

Le spécimen est soumis a un éclairement de 1,120 kW/m?, selon la distribution spectrale
spécifiée. L’'essai comprend trois méthodes, qui différent par la durée de leur cycle
d'irradiation.
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4.5.20.5 Severity

The severity is determined by the combination of the air pressure and duration. The
severity shall be specified in the detail specification.
The following preferred severities may\be specified for this procedure:
Air pressure .
KPa Duration
1 25 5 min
2 40 30 min
4 55 2h
8 70 4h
15 84 16h
4.5.20.6| Details to be specified
The following details, as applicable, shall be specified in the rele
— aif pressure;
— ddration;
— sgecimen optically functioning g
— preconditioning procedure;
— recovery procedure;
— injtial measurements 8
- m
— fin
- deviation
4.5.21
This pro
45211
The purpose-of procedure is to assess the effects of solar radiation on the materigls of
a specirtl:en. It'is intérided to simulate the radiation experienced at the surface of the eprth.

WARNING NOTE

Intended users of solar radiation tests are cautioned regarding the health hazards associated with tests of

this nature. Clause 9 of |EC 68-2-9 deals with this subject.

4.5.21.2 General description

The specimen is subjected to an irradiance of 1,120 kW/m? with a prescribed spectral dis-

tribution. The test includes three methods, differing in the irradiation cycle times.
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